IEC 62586-2:2013

IEC IEC 62586-2

®
®

Edition 1.0 2013-12

INTERNATIONAL

STANDARD

N

INTERNATIONALE

Powel
Part 2

Partie



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from
either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication,
please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de la CEl ou du Comité national de la CEIl du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEl ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette
publication, utilisez les coordonnées ci-aprés ou contactez le Comité national de la CEIl de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue d¢ Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The Interfational Electrotechnical Commission (IEC) is the leading glob
International Standards for all electrical, electronic and related technologie

About IEC publications

The technjcal content of IEC publications is kept under constant reyiew
latest editlon, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advaniced search enables you to find IEC publica

by a variety of criteria (reference number, text, technic
committee|...).

It also gjves information on
withdrawn [publications.

IEC Just Published - webstore iec:ch/justpublish

Stay up to|date on all ne®~|EC publications.
details all pew public . i
also once § month by email.

repares and|publishes

I have the

tronic and
terms and

q ht terms in
additional languages. Also known as the Irfternational
\ElecCtrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication
or need further assistance, please coptact the
Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propgs de
La Commjssion
Normes in

A propd
Le conten
I’édition la|

Liens util¢s:

ionale (CEIl) est la premiere organisation mondiale qui élabore et publie des

ublications de la CEIl est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous|possédez

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des
publications CEI en utilisant différents criteres (numéro de
référence, texte, comité d’études,...).
Elle donne aussi des informations sur les projets et les
publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI.
Just Published détaille les nouvelles publications parues.
Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes
électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000
termes et définitions en anglais et en frangais, ainsi que
les termes équivalents dans les langues additionnelles.
Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur
cette publication ou si vous avez des questions
contactez-nous: csc@iec.ch.


mailto:info@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch
http://webstore.iec.ch/justpublished
https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

IEC 62586-2

Edition 1.0 2013-12

INTERNATIONAL
STANDARD

NORME

INTERNATIONALE
colour
inside
GN
O 46
Power quality measurement in pQ pp tems)/—
Part 2f Functional tests and uncerts ements
MesmIe de la qualité de es réseaux d'alimentation —
Partie|2: Essais fonctio d'incertitude
N
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE PRICE CODE XE
CODE PRIX
ICS 17.220.20 ISBN 978-2-8322-1292-9

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale


https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

-2- 62586-2 © IEC:2013

CONTENTS
O T T 1 P 7
LN I @ 7 10 L @2 I 1 PPN 9
T o7 0 o 1= T 10
2 NOrMaAtiVe M ErENCES e e 10
3 Terms, definitions, abbreviations, notations and symbols..............ccoocoiiiiiiii i 10
3.1 General terms and definitioNs ... ..o 11
3.2 Terms and definitions related to uncertainty ...........c.cooiiiiiii i 11
3.3 NOTaliONS . . et e e
3.3.1 FunctionS......oooiiiii e L T
3.3.2 Symbols and abbreviations
3.3.3  INAICES .o e e N Pt N N ? 12
4  Reduirements ... N O R s N e e e 12
4.1| Requirements for products complying with class A ..\ X N e, 12
4.2| Requirements for products complying with class~S .. . N o
5 Fun
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
6 Fun
IEC
6.1
61.5 Measurement aggregation ..........coovuiiiiiiiiiiiii e 21
6.2 Magnitude of sUPPIY VOIAGE.......oiniiiii e 21
6.2.1 Measurement method...... ... 21
6.2.2 Measurement uncertainty and measuring range ...........ccoooveieiiiiiinineeneenn. 21
6.2.3 Measurement evaluation ... 21
6.2.4 Measurement aggregation ... ... 22
8.3 Bl KT ot e 23
6.4 Supply voltage interruptions, dips and swells............o i 23
B.4.1  GBNEIAl oo e 23
6.4.2 Check dips / interruptions in polyphase system............c.cooeiiiiiiinineeenn. 31
6.4.3 Check swells in polyphase system ..., 33
6.5 Supply voltage unbalancCe ... 34

B.5.1  GENEIAl e s 34


https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

62586-2 © IEC:2013 -3 -

6.5.2 Measurement method, measurement uncertainty and measuring

(1721 0 T 1= P 34
6.5.3  AGGregation ..o 35
6.6 VOlItage harmMONICS . ..ot 35
6.6.1 Measurement method...... ... 35
6.6.2 Measurement uncertainty and measuring range ..............ccooeveeeiieiiieiieneennn. 36
6.6.3 Measurement evaluation ... 37
6.6.4 Measurement aggregation ... ... 37
6.7 Voltage inter-NarmMoOniCS . ... 39
6.7.1 Measurement method...... ... 39
672 ?v‘lcaawcmcut Ullbclta;llty all‘:lI IIIUGDUI;IIQ LIS LRL® L~ ey e NP EEE CEE TR 39
6.7.3 Measurement evaluation ... N N 40
6.7.4 Measurement aggregation...........ccoooiiiiiiinin e AN S | 40
6.8| Mains signalling voltages on the supply voltage............... ... L NGl 42
6.8.1 Measurement method............coovviivnin o G O NN 42
6.8.2 Measurement uncertainty and measuring range....... L0570 N 44
6.8.3  AQgregation ..o e N K e e e en ]
6.9 Measurement of underdeviation and overd
6.9.1 Measurement method
6.9.2 i
6.9.3
6.9.4
6.10

6.1
6.12

7 Fun
IEC]

71

asurement aggregation ... e 58

7.2 L Magritudeofthe-supplyvelegerrreon oo iiioiniiliero—mmmm—————————- 58
7.2.1 Measurement Method..........c.oiiiiiiii 58

7.2.2 Measurement uncertainty and measuring range ..........coocoveeiiiiiiiiiiniinenneenn. 58

7.2.3 Measurement evaluation ... 59

7.2.4 Measurement aggregation ... ..o o 59

A0S TR 1T (= PP 60
7.4  Supply voltage interruptions, dips and swells............cooiiiiiiiiiii 60
7.4.1 General reqUIremMeNntS. .. oo e 60

7.4.2 Check dips / interruptions in polyphase system............coooiiiiiiiiininnen. 66

7.4.3 Check swells in polyphase system...........coooiiiiiiiiii 68

7.5  Supply voltage unbalanCe ..o 69

8 T R C 1= o Y=Y = | 69


https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

-4 - 62586-2 © IEC:2013

7.5.2 Measurement method, measurement uncertainty and measuring
(1721 0 T 1= P 69
7.5.3  AGGregation ..o 70
7.6 Volage NarmMONiCS . ..ot 70
T.6.1  GeNEraAl oo e 70
7.6.2 Measurement Method.........oooiiiiiii 70
7.6.3 Measurement method, measurement uncertainty and measuring
22 0 Vo [N
7.6.4 Measurement evaluation ...
7.6.5 Measurement aggregation ..ot
7.7 —Moltage inter-harmonics
7.8| Mains Signalling Voltages on the supply voltage
781 GeNEIAl oo AN e e T N
7.8.2 Measurement method............ooiiiiiiii G S O N
7.8.3 Measurement uncertainty and measuring rangé
7.8.4 Aggregation ......coooviiiiiiiii e N D S
7.9 Measurement of underdeviation and overdeviation para t ............................ 75
7.10 Flagging ..c.oceoveiiiiiiiiieiiiieieeeeee e o e N e 75
7.11 Clock uncertainty testing.......c..cooovi b o O e e 77
7.12 Variations due to external influence g ities’. @ ........................................... 77
7.12.1 General ..o S De e v A e N 77
7.12.2 Frequency measurement... . .ol e odenieieeeeneeeenneeee e 78
7.12.3 Influence of temperatlre ....... 5 N N 78
7.12.4 Influence P AP 79
8 Calgulation of measurem ating uncertainty ................. 80
Annex A (normative) Intrinsic ai erating uncertainty, and overall system
OTaToT=Y o =T |0 Y B N PP I 82
Annex B (norma 2 q , ent and operating uncertainty for
voltage [magnitude-and =0 {01 =) 8 [0 P! P 84
Annex ( i dips (amplitude and phase angles changes)......|....... 87
Annex [ on dips (polyphase): test procedure .................... fo.ooo 89
Annex B asurements of voltage amplitude and harmonics testj........ 92
Annex H less measurements of voltage amplitude and harmonics....|....... 95
Annex G (i esting equipment requirements ... 103
Annex H (informative)” Example of test report..........cooiiiiiiii e e 104
Annex I[(informative) Mixed influence quantities ........ccooeiiiiiiiiiiiiiieeiieeeieeeeeeeeoenen, 105
BBl OG AP Y e 107
Figure 1 — Overview of test for dips according totest A4. 1.1 ... 26
Figure 2 — Detail 1 of waveform for test of dips accordingtotest A4. 1.1, 27
Figure 3 — Detail 2 of waveform for tests of dips according to A4. 1.1, 27
Figure 4 — Detail 3 of waveform for tests of dips according to test A4. 1.1 ........ccoviiiiiininnnn. 27
Figure 5 — Detail 1 of waveform for test of dips accordingtotest A4.1.2...........ccoeeiiiiiinnl. 28
Figure 6 — Detail 2 of waveform for tests of dips according totest A4.1.2 ..., 28
Figure 7 — Detail 1 of waveform for test of swells according to test A4.1.2.........c.oiiiiiini, 29
Figure 8 — Detail 2 of waveform for tests of swells according totest A4.1.2.............coeeiinnnn. 29

Figure 9 — Sliding reference voltage test ..o 30


https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

62586-2 © IEC:2013 -5

Figure 10 — Sliding reference start up condition ............coiiiiiiii e, 30
Figure 11 — Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions.............................. 31
Figure 12 — Detail 2 of waveform for test of polyphase dips/interruptions..............c..co.ooi. 32
Figure 13 — Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions.............................. 32
Figure 14 — Detail 1 of waveform for test of polyphase swells ...........cccoiiiiiiiiiiiii, 33
Figure 15 — Detail 2 of waveform for test of polyphase swells .............coooiiiiiiiiiinin, 34
Figure 16 — Flagging test for Class A ... e 50
Figure 17 — Clock uncertainty testing...... ..o 51

Figure 18 — Detail 1 of waveform for test of dips according to test S4.1.2.............ccooiiiiinn.

Figure 19 — Detail 2 of waveform for tests of dips according to test S4.1.2(........x....c0d
Figure 30 — Detail 1 of waveform for test of swells according to test S41.2
Figure 31 — Detail 2 of waveform for tests of swells according to test S4
Figure 32 — Sliding reference voltage test..........c.ooiiii GG i NN
Figure 43 — Sliding reference start up condition
Figure 34 — Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/int
Figure 35 — Detail 2 of waveform for test of polyphas

Figure 26 — Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/
Figure 47 — Detail 1 of waveform for te
Figure 38 — Detail 2 of waveform for testof pelyp
Figure 39 — Flagging test for class S
Figure 30 — Clock uncertai
Figure /
Figure (
Figure (
Figure [
Figure L
Figure D).
Figure F.
Figure R
Figure K.
Figure F.

Figure F.5 lllustration of QRMS for missing samples.................ocoooiiii s 98

Figure F.6 — Detection of a single missing sample ..........ccooviiiiiiiiiiiii e, 98
Figure F.7 — Qr\ s for an ideal signal, sampling error = 300 x 1076 e, 99
Figure F.8 — Qrps for an ideal signal, sampling error = 400 x 1076 99
Figure F.9 — Qr\ g for an ideal signal, sampling error = 200 x 1076 100

Figure F.10 — Qr\s with ideal test signal and perfect sampling frequency
SYNCRIONIZAtION L. e 101

Figure F.11 — QrMms with 300 x 10—6 sampling frequency error and 100 x 10—6
MOdUlation frEQUENCY ©ITOT ... e e e e e e eas 101

Figure F.12 — Qrpms Wwith a 20/24 cycles sliding window with a output every 10/12
oY1 1= 1= 102

Figure F.13 — Amplitude test for fluctuating component...............cooiiiiiiiii i, 102


https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

-6- 62586-2 © IEC:2013

Table 1 — Summary of type tests for Class A ... e 13
Table 2 — Summary of type tests for Class S ... 14
Table 3 — Testing points for each measured parameter...........cooooiiiii i 14
Table 4 — List of single "power system influence quantities" ..., 16
Table 5 — List of mixed "power system influence quantities"............cccoiiiiiiii i 17
Table 6 — Influence Of TEMPEIratUrE .. ... ... e 18
Table 7 — Influence of auxiliary power supply voltage ..o 18
Table 8 — List of generic test Criteria. ... .. ..o 18
Table 9 — Uncertainty requiremMents ... ... e
Table Cl1 — Tests pattern........oooiiiii e D 0

Table I.[I — Mixed influence quantities test for frequency ................... o oo LN

Table 1.2 — Mixed influence quantities test for magnitude of voltage ¢
Table I.B — Mixed influence quantities test for dips and swells..

&



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

62586-2 © IEC:2013 -7

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS -

Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all ngtiomat—etectrotechmicat—committees \iEC Natiomat CUIIIIIIittUUb). The UUJvuL of—tEC—is—to promote
internfitional co-operation on all questions concerning standardization in the electricall and eleegtronic|fields. To
this epd and in addition to other activities, IEC publishes International Standar ifications,
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he as “IEC
Publidation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any | terested
in thg subject dealt with may participate in this preparatory work. nd non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. bs closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorda i iti etermined by
agreement between the two organizations.

2) The fdrmal decisions or agreements of IEC on technical matters e Ernational
consehsus of opinion on the relevant subjects since each from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations fo National
Comnlittees in that sense. While all reasonable efforis are hat the technical contgnt of IEC
Publidations is accurate, IEC cannot be hich they are used gr for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, TEC Nati s ittees”undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible in thei jonal and regional publications. Any djvergence
betwepn any IEC Publication and the correspond or regional publication shall be clearly indicated in
the lafter.

5) IEC itgelf does not provide Independent certification bodies provide gonformity
assespment services and to IEC Jmarks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by ind

6) All users should ave thellatest editjon of this publication.

7) No liapility shall eniployees, servants or agents including individual experts and
memb ational Committees for any personal injury, property damage or
other vhether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expen the Ypublication, /Juse of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publig

8) Attentjon is drawn o\thé\Normative>references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indisp ¢ation of this publication.

9) Attent e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the fubject of
paten{ ri held responsible for identifying any or all such patent rights

Internat IEC 62586-2 has been prepared by IEC technical commiitee 85:

Measuring<equipment for electrical and electromagnetic quantities.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
85/461/FDIS 85/467/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62586 series, published under the general title Power quality
measurement in power supply systems, can be found on the IEC website.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed
¢« withdrawn,
* replaced by
*« amended.

’

a revised edition, or

The contents of the corrigendum of November 2014 have been included in this copy.

colour jprinter.

indicates

correct
sing a

5
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INTRODUCTION

Power quality is worldwide more and more important in power supply systems and is generally
assessed by power quality instruments.

IEC 62586-2 is a standard specifying functional and uncertainty tests intended to verify the
compliance of a product to class A and class S measurement methods defined in
IEC 61000-4-30.

IEC 62586-2 therefore complements IEC 61000-4-30.

@@»
S



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

-10 - 62586-2 © IEC:2013

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER SUPPLY SYSTEMS -

Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

1 Scope

This part of IEC 62586 specifies functional tests and uncertainty requirements for instruments
whose functions include measuring, recording, and possibly monitoring power quality
parame{ers I pOWer Supply SYStems, and wose measuring methods (Clgss A~or ciasp S) are
defined|in IEC 61000-4-30.

This sta

This standard may also be referred to by other product standards (e g digi corders,
revenue or class
S powel

These 1 . power
supply dystems at 50 Hz or 60 Hz.

NOTE 1 gsurement
performarjce.

NOTE 2 dedicated
software.

2 Norfmative refere

The follpwing do@ 5
are indispensablefor

undated reference
amendments) apgli

are normatively referenced in this document and
dated references, only the edition cited applies. For
on of the referenced document (including any

IEC 610
levels in i

compatibility (EMC) — Part 2-4: Environment — Compatibility
-frequency conducted disturbances

IEC 61000-4- lectromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-7: Testing and measlirement
techniques € al guide on harmonics and interharmonics measuremerts and
instrum*ntation, for power supply systems and equipment connected thereto

IEC 61000-4-15, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-15: Testing and measurement
techniques — Flickermeter — Functional and design specifications

IEC 61000-4-30:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and
measurement techniques — Power quality measurement methods

IEC 62586-1, Power quality measurement in power supply systems — Part 1. Power quality
instruments (PQI)

3 Terms, definitions, abbreviations, notations and symbols

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 61000-4-30 as well
as the following terms and definitions apply.
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3.1 General terms and definitions

3.11

limit range of operation

extreme conditions that a measuring instrument can withstand without damage and
degradation of its metrological characteristics when it is subsequently operated within its
rated operating conditions

Note 1 to entry: The measuring instrument should be able to function within the limit range of operation

3.1.2

rated range of operation
range of values of a single influence quantity that forms a part of the rated operating
conditions

Note 1 tolentry: Uncertainty should be met within the rated range of operation

3.2 Terms and definitions related to uncertainty

3.21
intrinsic uncertainty
uncertainty of a measuring instrument when used unde

Note 1 to|entry: In this standard, it is a percentage of the r ] i inits rated range and with all
influence [quantities under reference conditions, unless ot S

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.2.10, modified

3.2.2
influeng¢e quantity
quantity] which is not tke
relationghip between the indi

Note 1 to|entry: Inf
environmént [IEV].

Note 2 to|entry: As the ibrati i € esult of a
measurement it is nec Y t e [IEV].

cts the

tnt or the

Note 3 to
satisfy thg

surement

[SOURCE;

3.2.3

variation
variatigln_dum_ajingle_mﬂmm_quantity
difference between the value measured under reference conditions and any value measured
within the rated operating range (for this specific influence quantity)

Note 1 to entry: The other performance characteristics and the other influence quantities should stay within the
ranges specified for the reference conditions.

3.24

rated operating conditions

set of conditions that must be fulfilled during the measurement in order that a calibration
diagram may be valid

Note 1 to entry: Beside the specified measuring range and rated operating ranges for the influence quantities, the
conditions may include specified ranges for other performance characteristics and other indications that cannot be
expressed as ranges of quantities.

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.3.13]
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3.2.5
operating uncertainty
uncertainty under the rated operating conditions

Note 1 to entry: The operating instrumental uncertainty, like the intrinsic one, is not evaluated by the user of the
instrument, but is stated by its manufacturer or calibrator. The statement may be expressed by means of an
algebraic relation involving the intrinsic instrumental uncertainty and the values of one or several influence
quantities, but such a relation is just a convenient means of expressing a set of operating instrumental
uncertainties under different operating conditions, not a functional relation to be used for evaluating the
propagation of uncertainty inside the instrument.

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.2.11, modified — The word "instrumental" has been removed
from both the term and the definition.]

3.2.6
overall system uncertainty

uncertainty including the instrumental uncertainty of all
measurg¢gment system (sensors, wires, measuring instrument, etc.
conditions

to the
gerating

3.3 Notations

3.3.1 Functions

See fungtions defined in IEC 61000-4-30:2008.
3.3.2 Symbols and abbreviations

N.R. notrequested
N.A. not applicable

3.3.3 Indices

min inimum value

max aximun@m

4 Requirements

4.1 Requirements for products complying with class A

Product
requiren

class A of IEC 61000-4-30 shall comply with the fpllowing
— Conlpliance™ ass A operational uncertainty, based on testing, as defined in Clause 8.
— Compliance with class A functional tests as defined in Clause 6, based on ¢ommon

H 4 dAafi a1 ol L A £ 4 4+ £ H idad o T okl 4
req IMTTITTTIS UTTICuUu 1T UIauotT J. A oulihiiary UT INUotT 1Tolo 1o YTUVIUTU 1T Tavitc 1.
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Table 1 — Summary of type tests for Class A

Power system Clause | Measurement | Measurement uncertainty and Measurement Measurement
influence method measuring range evaluation aggregation
quantities - .

Uncertainty Variations
under due to
reference influence
conditions quantities

Power 6.1 6.1.2 6.1.3.1 6.1.3.2 6.1.4 N.A.

frequency

Magnitude of 6.2 6.2.1 6.2.2.1 6.2.2.2 N.A. 6.2.4

supply voltage
Flicker 6.3 See See N.A. N.A. NA.
IEC 61000-4- IEC 61000-4-
15 15
Supply voltage 6.4 6.4 6.4 6.4 A. 4
interruptiolns,
dips and gwells (\
Supply voltage | 6.5 6.5 6.5 N.A. A N.A.
unbalanceg
Voltage 6.6 6.6.1 6.6.2.1 66.2.2 .A\ 6.6.4
harmonics a
Voltage infer- | 6.7 6.7.1 6.7.2.1 W N.A. 6.7.4
harmonicsg > /\
Mains signalling | 6.8 6.8 .8 6.8.2) N.A. 6.8
voltage

Under-ovgr 6.9 6.9 .9 6.9 N.A. 6.9

deviations (‘\

Flagging 6.10 640 /R Y [ wa N.A. N.A.

Clock 6.11 NAN N 6. \) N.A. N.A. N.A.

uncertaint <

testing

Variations|due &Q) Al 6.12 N.A. N.A.

to external <

influence

quantities /\ \
class A
t range
rements

defined [inJEC 61000-4-30 for class S instruments.

Products compliant with class S of
requirements:

IEC 61000-4-30 shall

comply with the following

— Compliance with class S operational uncertainty, based on testing, as defined in Clause 8.

— Compliance with class S functional tests as defined in Clause 7, based on common
requirements defined in Clause 5. A summary of those tests is provided in Table 2.
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Table 2 — Summary of type tests for Class S

5 Functional<t?

requirements

Power System Clause | Measurement | Measurement uncertainty and | Measurement | Measurement
influence method measuring range evaluation aggregation
quantities - .

Uncertainty Variations

under due to

reference influence

conditions quantities
Power frequency 71 7.1.2 7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.4 N.A.
Magnitude of 7.2 7.2.1 7.2.2.1 7.2.2.2 N.A. 7.2.4
supply voltage
Flicker 7.3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Supply vdltage 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 N.A’
interruptigns, dips
and swell @
Supply vdltage 7.5 7.5.2 7.5.2 N.A. A. 7\5\?7
unbalancg /\
Voltage 76 7.6.2 7.6.3.1 7.6.3.2 NASY 765
harmonic <\ \
Voltage inter- 7.7 7.7 7.7 1 N.A. 7.7
harmonic
Mains sighalling | 7.8 7.8.2 7.8.3.1 \r\% NA N.A.
voltage (\
Under-ovér 7.9 N.A. N.A T (N~ M N N.A.
deviationg
Flagging 710 | NA NA. NOA. N.A. N.A.
Clock undertainty | 7.11 NA. W N.A. N.A.
testing
Variationg due to | 7.12 | NA. N \)\ N.A. N.A. N.A.
external ipfluence
quantities [\ Q\

5.1 G
511
Table 3|t the test
procedd ange.
Table 3 — Testing points for each measured parameter
Measured Class | Testing point | Testing point | Testing point | Testing point Testing point
parameter P1° P2° P3°? P4° P5°
Frequency 50 Hz ° A 42,5 Hz 50,05 Hz 57,5 Hz 50 Hz N.A.
(covers 50 Hz)
S 42,5 Hz 50,05 Hz 57,5 Hz 50 Hz N.A.
Frequency 60 Hz ° A 51 Hz 59,95 Hz 69 Hz 60 Hz N.A.
(covers 60 Hz)
S 51 Hz 59,95 Hz 69 Hz 60 Hz N.A.
Voltage magnitude A 10 % Uy, 45 % Uy, 80 % Uy, 115 % Uy, 150 % Uy,
S 20 % Uy, 45 % Uy, 70 % Uy, 95 % Uy, 120 % Uy,
Swells ° A Threshold Threshold 110 % Uy, 120 % Uy, 200 % Uy,
swell- ¢ swell+ ¢
S Threshold Threshold 110 % Uy, 120 % Uy, 150 % Uy,
swell- ¢ swell+ ¢
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Measured Class | Testing point | Testing point | Testing point | Testing point Testing point
parameter P1° P2° P3° P4° P5°
Dips, Interruptions °© A Threshold Threshold 20 % Uy, 60 % Uy, 85 % Uy,
dip+ ¢ dip- ¢
S Threshold Threshold 20 % Uy, 60 % Uy, 85 % Uy,
dip+ ¢ dip- ¢
Voltage harmonics f A Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental
as specified as specified as specified as specified as specified
5 % on the 2" | 10 % on the 1 % on the Distortion on Distortion on
harmonic 3™ harmonic 50" harmonic all harmonics all harmonics
simultaneously | simultaneously
up to the 50" up to the 50"
order at 10-% order at 200 %
of classg/3 ofseldss 3
com bilit omflatibility
leyéls fro level$ from
JE)(\ 000-2-4 N<.IEC§1000-2-4
S Fundamental Fundamental Fundamental ndamental F\u@dbmental
as specified as specified as specifie >s sfecified
5 % on the 2" | 10 % on the 1 % on istortion\on Distoftion on
harmonic 3™ harmonic 40" harmoni rmonigs all hgrmonics
%im ltaneously | simultaneously
Up to\the 40" up to[the 40™
t10 % orderf at 100 %
of clgss 3
compatibility comgatibility
b }evels from level§$ from
)\' IEC 61000-2-4 | IEC §1000-2-4
Voltage A Fundamental Fundamental Fundpmental

interharmonjics

as specified

ndaM
as ‘specified
%0n the

as specified

Distortion on 4

as specified

Distortion on 4

)—.terharmonic selected seledted
at 49,5 x the interharmonics | interfharmonics
fundamental ° up to the 50" | ° up fo the 50™
frequency order at 10 % ordern at 200 %
of class 3 of cldss 3
compatibility compatibility
levels from level$ from
/\ IEC 61000-2-4 | IEC §1000-2-4
s N.A. N.A. N.A. N.A.
MsV A in applied Ugin applied Ugin applied Ugin applied at | Ugin applied at
atthe at the at the the the
fund ntal fundamental fundamental fundamental fundgmental
equency, frequency, frequency, frequency, frequency, with
\ with 0 % Udin with 1 % Udin with 3 % Udin with 9 % Udin 15 % Udin at
t the at the at the at the the specified
specified specified specified specified carrigr
carrier carrier carrier carrier frequency
frequency frequency frequency frequency
S N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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Measured parameters shall be considered individually, e.g. Testing point P1 for frequency, Testing point P2 for
flicker, etc.

Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided in the line “Frequency 50 Hz". Instruments
intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in the line “Frequency 60 Hz”. Instruments intended to
work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided in lines “Frequency 50 Hz” and “Frequency 60 Hz".

see details in Annex C.

Threshold swell+ = Lowest threshold for swells declared by manufacturer + uncertainty of residual voltage
measurement + hysteresis

Threshold swell- = Lowest threshold for swells declared by manufacturer — uncertainty of residual voltage
measurement — hysteresis

Threshold dip+ = Lowest threshold for dips declared by manufacturer + uncertainty of residual voltage
measyrement + hysteresis

Threshold dip- = Lowest threshold for dips declared by manufacturer — un hl voltage

measyrement — hysteresis
®  The manufacturer may select the interharmonics but shall report them in the_type test report.
" Harmgnics and interharmonics phase angles shall not be shifted from the funda

NOTE This table is derived from 6.2 of IEC 61000-4-30:2008.

5.1.2 Single "power system influence quantitie

Table 4 specifies in detail the test pgints defined stem influence qujantities,

consistgnt with a subset of the require . of {EC\6100044-30:2008. It spec|fies the
testing gtates min, mean and max for each m influence quantity, and flor each
performance class. Testing states will h or each power system influence
quantity est points are intended to be|applied

accordif

em influence quantities”

Power $ystem assl\ Testi tate 1\\ Testing state S2 * | Testing state S3 ° | Testing [state S4
influgnce
quantities
Frequenc): B ,5%{ \/\ 50 Hz 55,75 Hz 69 Hz
1) for instfuments S 2;5Hz 50 Hz 55,75 Hz 69 Hz
covering oth
50 Hz and 60
frequencigs N
2) for instfuments \Q 42>5 Hz 50 Hz 57,5 Hz
covering ¢nly N
50 Hz frequency s\ 42,5 Hz 50 Hz 57,5 Hz
3) for instfunfents | A7 |51 Hz 60 Hz 69 Hz

covering ¢nly

60 Hz frequency S Stz 66+Hz 69+z ==

Voltage magnitude A 10 % Uy, --- 200 % Uy, —
s [10%u,. 150 % U,

Harmonics (in A o - -

addition to the .

fundamental Harmonics:

signal) -H3:10 % Uy,

-H7: 10 % Uy,
-H11: 10 % Uy,
-H15:4 % Uy,
-H19:5 % Uy,
-H23:5 % Uy,

n
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Power system
influence
quantities

Class

Testing state S1 °

Testing state S2 °

Testing state S3 °

Testing state S4 °

S Harmonic H5: 15 % |--- ---

Udin» at +90°

Interharmonics °

(including ranks
below
fundamental)

A _—

Frequency = 1,5 x
fundamental
frequency; 9 % of

Udin Udin

Frequency = 0,5x
[Fundamental
frequency; 2,5 % of

Distortion applied
at two
interharmonic
frequencies
simultaneously:

1) Frequency = 2"
harmonic plus 5 Hz
(105Hz at 50Hz,

netor—425Hz at

< 90
S50H
a

\ Magnitudp =
Udin

60Hz)( Magnitude =
4 %0fU0],
ncy = 2"
lus
OHz at

)

Hz),
6 % of
eq cy = -
fundamental
equency; 2,5 % of
? Influe S2 for
flicker|

®  Mains

¢ Harmg
¢ This s

NOTE T

5.1.3

Table 5

Testing
quantities acti

Powe Syst%\ sting state M1 Testing state M2 ° Testing state M3

influence¢ quantities a

Frequenc fom £ 0,5 HZ fom=1Hz+0,5Hz foom + 1 HZ£0,5 Hz

(foom = 50 Hz and

60 Hz)

Voltage magnitude Ugin =1 % Determined by flicker, Determined by flicker,
unbalance, harmonics, unbalance, harmonics,
interharmonics (below) interharmonics (below)

Flicker P, <0,1 P, =1 + 0,1 — rectangular . P, =4 + 0,1 — rectangular .
modulation at 39 changes / min modulation at 110 changes / min

Unbalance 100 % +0,5 % of 73 % +0,5 % of Uy, Channel 1 152 % +0,5 % of Uy, Channel 1

U, onall
cﬁlannnels. All 80 % +0,5 % of Uy, Channel 2 140 % +0,5 % of Uy, Channel 2

phase angles 120°
(equivalent to

u0=0%,
u, =0 %)

87 % £0,5 % of Uy, Channel 3

all phase angles 120°
(equivalent to u, = 5,05 %,
u, = 5,05 %)

128 % +0,5 % of U, Channel 3

din
all phase angles 120°
(equivalent to uy = 4,95 %,
u, = 4,95 %)

ang/or 130Hz
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Power System
influence quantities

Testing state M1

Testing state M2 °

Testing state M3 °

Harmonics 0 % to 3 % of Uy, 10 % + 3 % of Uy, 3" at 0° 10 % =+ 3 % of Uy, 7th at 180°
5% + 3 % of Uy, 5" at 0° 5% =+ 3 % of Uy, 13t at 0°
5% + 3 % of Uy, 29t at 0° 5% + 3 % of Uy, 25t at 0°

Interharmonics 0 % to 0,5 % of

V)

1% +0,5%of Uy, at7,5f | 1%+05%of U, at35f,

din

a

Influence quantities shall be considered all together, with a mix of all influence quantities.

NOTE This table is derived from Table 2 of IEC 61000-4-30:2008.

5.1.4 "External influence quantities"

Table 6fand
Table 7 [specify the different testing states related to temperature a er supply veltage.

Table 6 — Influence of Temperature

Influence Testing state ET1 Testing state ET2 Testing state ET3
quantities
Temperatpre ® Minimum temperature of the i

\m‘a}imum temperatufre of
¢ rated range of operation

Bathe time as needdd to
achieve equilibrium,
minimum 1 hour.

rated range of operation °

Bathe time as needed to
achieve equilibrium,
minimum 1 hour.

pact of product self-heating. If cir¢ulating
account the impact of the forced pir on

Circulgting air may be forced in the testing chamb
air is forced, then the temperature limit shall be a
the infernal temperature of t

Table 1 and Table 2 of IEC 62586-1. Ea¢h
will have to specify the rated temperature range of

®  For PQI products, this rated
manuflacturer or product nda

opera ion.
bIe - M auxiliary power supply voltage
I1f|uenc/e\u\aQt|t s Testing state EV1 Testing state EV2

>Jmm as specified by manufacturer U,,ax @s specified by manufpcturer

Auxiliary poweﬁ\sup\ry%ﬁté\g
N\

5.1.5

Table 8|specifies the different generic test criteria used in Clause 6 and Clause 7.

Table 8 — List of generic test criteria

Test criteria N° Definition

TC10s(unc) Every 10 s frequency measurement shall be within their specified uncertainty.

TC10s(sam) Every 10 s frequency measurement shall be the same (within twice the intrinsic

uncertainty).

TC(11< N £13) Counter number of frequency readings in 2 min: 11<N<13

TC10/12(unc) Every basic 10/12 cycles measurement shall be within their specified uncertainty.

TC150/180(unc) Every 150/180 cycles aggregation measurement shall be within their specified

uncertainty.

TC10/12(unc)-harm For the harmonic order(s) being tested, every basic 10/12 cycle measurement shall

be within the uncertainty specified in IEC 61000-4-7 class |I.
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Test criteria N°

Definition

TC150/180(unc)-harm

For the harmonic order(s) being tested, every 150/180-cycle aggregation
measurement shall be within the uncertainty specified in IEC 61000-4-7 class .

TC10-min(unc)-harm

For the harmonic order(s) being tested, every 10-min aggregation measurement shall
be within the uncertainty specified in IEC 61000-4-7 class .

TC150/180(unc)-thd

The total harmonic distortion is calculated according to the definition for subgroup
total harmonic distortion (THDS) in IEC 61000-4-7.

TC10/12(unc)-interharm

For the interharmonic order(s) being tested, every basic 10/12 cycle measurement
shall be within the uncertainty specified in IEC 61000-4-7 class I.

TC150/180(unc)-interharm

For the interharmonic order(s) being tested, every 150/180-cycle aggregation
measurement shall be within the uncertainty specified in IEC 61000-4-7 class .

TC10-mingumc)=imtertrarm

Forthe-mtertrarmomic Uluul\b) uunlg tested; EVETY =T a lcg fiorrmeagurement

shall be within the uncertainty specified in IEC 61000-4- 7 ss l.

5.2 Tlesting procedure
5.21 Device under test

The deVice under test shall be representative of the

5.2.2 Testing conditions

Referenice conditions for testing defined
otherwige specified. For PQIl prod

IEC 62586-1.

5.2.3 Testing equipme

Testing [equipment and
certificate.

For Clag

NOTE S

6 Furn
acd

6.1 P

6.1.1

NOTE Tpe manufacturer may proceed with several repetitions of the same testin s ence,\to su\e\ hat results
are repeatable. &

unless
fied in

1 in the

chronisation device shall be used.

Frequency measurement shall be made on the reference channel.

6.1.2 Measurement method

Each test shall last at least 2 min.
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A1.1.1 | Check that averaging interval | L0OP (;ee scheme Count the number of TC10s(sam)

is 10 s below): frequency readings in
P1-P3 triangle 2 min (N)
Duration: 5 s TC(11< N <13)
P3-P1 triangle
Duration: 5 s
fHz
A
=3 T
Py

6.1.3 Measurement uncertainty and measuring rang

6.1.3.1 Uncertainty under reference condition

Each test shall last at least 1 min. <\ & Q

N° Target of the test Testing poin Co mentary test Test critlerion (if
according to Table'3 conditions test is applicable)

A1.2.1 Check measuring range P1 féﬂ Frewy - \72 TC10s(unq)

. a

A1.2.2 Check measuring ran@a P2 k@qm \\> --- TC10s(unq)

A1.2.3 ||Check measuring Nge I?'S\Q)r F\N@}egyy --- TC10s(unq)

@ Instruments intended tolwork at shall.use the.figures provided in the line “Frequency 50 Hz". Instruments
intended to wor 6Q H2 shall figlres proyvided in the line “Frequency 60 Hz”. Instruments intended to
work both at 50 Hz 4and 60 the\figlres provided both lines “Frequency 50 Hz” and “fFrequency
60 HzJ.

6.1.3.2 Variations\d Mfluence quantities

Each tem Iast\ east 1

N° Ta>g\t o Wﬁ Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A1.3.1 Measure inMe of voltage P2 for Frequency 2° S1 for voltage TC10s(unq)

magnitude on measurement magnitude.
umrcertaimty (forfurthrer
calculations as required in
Clause 8).
A1.3.2 Measure influence of P2 for Frequency 2° S1 for Harmonics TC10s(unc)
harmonics on measurement
uncertainty (for further
calculations as required in
Clause 8).

a

Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided the line “Frequency 50 Hz". Instruments

intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in the line “Frequency 60 Hz”. Instruments intended to
work both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided both in lines “Frequency 50 Hz” and “Frequency
60 Hz".

b

Frequency measurement is made on the reference channel.
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6.1.4 Measurement evaluation
N° Target of the test Test
A1.4.1 Reference channel It shall be checked that the frequency measurement is made on the
reference channel.
6.1.5 Measurement aggregation

Aggregation is not required for power frequency.

6.2 Magnitude of supply voltage

6.2.1 Measurement-method
Each test shall last at least 1 s. Q( Q\
N° Target of the test Test

A2.1.1 Check gapless and non- A test shall be achieved according\to trWr e\nt@nnex E.
overlapping measurement

NOTE Tpe following tests are not listed here because they are covere ot\esx eck tfrue RMS

measurement (covered by other tests), check basic accuracy of 10 easuremen vered by other tests)

6.2.2 Measurement uncertainty and measu

6.2.2.1 Uncertainty under refere

Each test shall last at least 1 s.

N° Target of the te stln po Complementary test Test criterion (if
ble 3 conditions test is applicable)

A2.2.1 ||Check measuring for --- TC10/12(unc)

ag 'ude
A2.2.2 ||Check meaéuting range P3 %@/g} TC10/12(dpnc)
\h\ nitude
A2.2.3 ||check measu for Voltage TC10/12(uhc)
/\ magnitude
6.2.2.2 e to single influence quantities
Each te leasty1 s
N° Ta\rgw\of>e test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 4

A2.3.1 Measure influence of P3 for Voltage S1 for Frequency ---
frequency on measurement magnitude
uncertainty (for further S3 for Frequency -
calculations as required in 8). S4 for Frequency .

A2.3.2 Measure influence of P3 for Voltage S1 for Harmonics TC10/12(unc) on
harmonics on measurement magnitude ch1 compared to a
uncertainty (for further reference voltage
calculations as required in 8).

6.2.3 Measurement evaluation

Not applicable.
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6.2.4 Measurement aggregation
6.2.4.1 10/12 cycles with 10 min synchronisation

Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10 min
ticks.

N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A2.41 Check aggregation overlap 1 P3 for Voltage f=59,99 Hz (covering Test the time tag,
magnitude 60 Hz) or f = 49,99 Hz and the sequence
(covering 50 Hz)” number of blocks for

) . proper re-
Test duration = 11 min sunchronization to

tick as
ip
+4-30.

10 minutg tick should occur in the middle of the 10/12 cycle time interval number 3000.

NOTE 59,99 Hz = (2999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2999,5/600) x 10

6.2.4.2 150/180 cycles aggregation with 10 mi

Each tept shall last at least 11 min, and shall ¢ontai 10 min
ticks.
N° Target of the test Testing poin Co mentary test Test criterion (if
according to Table’3 conditions test is applicable)
A2.51 Check aggregation overlap 2 Loop\(see me \?50,125 Hz (covering | Test the
w) 0 Hz) and/or 60,15 Hz | aggregatign of

(covering 60 Hz) 10/12 cyclgs data
depending on into 150/180 cycles
manufacturer selection. | interval relative to

the 10-min tick as
specified i
IEC 61000f4-30.

9,

1 min 2 min 3 min

NOTE 1 The time on X axis is not necessarily
synchronised on the 10-min tick

10 min tick should occur in the middle of the 150/180 cycle time interval number 201.

NOTE 2 50,125 Hz = (200,5 / 600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180

6.2.4.3 10 min aggregation

Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10 min
ticks.
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion
according to Table 3 conditions according
to Table 4
A2.6.1 Check 10-min aggregation Loop (see scheme S2 for Frequency Test the
below): aggregation of
. 10/12 cycles data
- voltage changing into 10 min interval
linearly from P1 to relative to the 10-
P3 for 1 min min tick as specified
duration, then in IEC 61000-4-30.
— linearly from P3 to
P1 for 1 min
duration
NOTE The time
syncwised 0/4@2\1
6.2.4.4 2-h aggregation
N° Target of the test esti oin >omp|ementary test Test criterion (if
according to\Tabl conditions test is applicable)
A2.7.1 Check 2h aggregatio It sh ch the 2-h aggregated value is provided by the
N pm nder te t.
6.3 Flicker \v

Test shall be perform

6.4 S

6.4.1

NOTE F
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

Ad4.1.1 Check U, (1/2) are P4 for Frequency ? for This test does not — Check, for each
independently synchronized atleast 15s ¢. require synchronized channel, that the
on each channel on zero generator. sequence of
crossing. Voltage step should be o . Urms(1/2) in the

made.on zero - At T1, inject 0 % Udin instrument
crossing. interruption of complies to the
duration 2 cycles sequence defined
followed by a step at in Figure 4.
90 % Udin and of 2
cycles, then a steady | — Check time tag of
state at 94 % Ugijn on Urms(1/2) (N+1)
channel 1 on channel 1: T1
ALT4+0eyetes——H3 + %2 cycle.
cycle, apply the same at time
profile on chann ms(1/2)
— At T1+20cycles ys
Cyclest
at time
ms(1/2)
channeld is
T1+20,5pycles+
1/2cycle)

A4.1.2 Check amplitude and Check thaf all
duration accuracy durations and
requirement d amplitudeq reported

. on the dips/ swells/
The ghange of signal interruptiof
amplitude to create measuremients are
'_ s/swe_lls/interrupti(_)n complying [with
WI” be simultaneous in IEC 610004-30
time. 5.4.5.1 (amplitude
Test shall be achieved accuracy
with the following requirement) and
durations: 1; 1,5; 2,5; 5.4.5.2 (d{ration
10; 30 and 150 cycles. accuracy
requirement)
See Figure 5, Figure 6,
Figure 7 and Figure 8 The expecfed
duration rgsults are
Injected duration +
0,5 cycles] see
Figure 5 apd Figure
6 where thie
expected duration is
3 cycles +(0,5
cycles.
The expected
amplitude fesults
are :ujcut d Px
amplitude + 0,2 %
Uyi,, (Px being P5 or
P3).
A4.1.3 Check threshold P2 for swells °© This test does not Check the duration

P4 for Frequency *®

require synchronized
generator.

P1 for swells ®°

P4 for Frequency *®

The change of signal
amplitude to create
dips/swells/interruption

P2 for Dips/Int.®®
P4 for Frequency °

will be simultaneous in
time.

P1 for Dips/Int. "¢
P4 for Frequency °

Test shall be achieved
with the following
duration: 2,5 cycles.

accuracy complies
with IEC 61000-4-30
5.4.5.2

The expected
duration result is 2,5
cycles £ 0,5 cycles.
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A4.1.4 | Check influence of mains P1 for Frequency 2 This test does not Check the duration
frequency. ) b require synchronized accuracy complies

P3 for Dips/Int. generator. with IEC 61000-4-30
5.45.2

P3 for Frequency ® The change of signal

P3 for Dips/Int. b amplitude to create The expected

’ dips/swells/interruption duration result is
will be simultaneous in respectively 2 and
time. 30 cycles + 0,5
Test shall be achieved cycles.
with the following
durations: 2 and 30
cyclos- va

A4.1.5 Check dips / interruptions / A test shall be achieved according to the req ments of\G.4.2]|and
swells in a polyphase system | 6.4.3. (—\

A4.1.6 ||Check sliding voltage 1) configuration: select | See Figure 9 o.di shcyld be
reference — Steady state sliding reference detected,
operation © voltage, dip threshold

set to 90 %U,,

hysteresis=2 % Uy, -

2) Inject steady state

voltage at U, for at

least 5 min. Then

decrease voltage

amplitude by to 95 ¢

Uin/fOrg min n

87 B VUi, for§ min.

3) Inj ip of5 Verify that
instrument is
detecting & dip at
57,5 % of U, .
NOTE 57,5 % =

N 50/87 x 100 %

A4.1.7 ||Check sliding voltage See Figure 10 The instrupnent shall
reference iding\referen detect an
start up co n interruptiop start.

2) Purn on the

instrument with 0V

injected at the voltage

inputs.

3) After 5 min + Verify that|the

instrument boot up instrument has

time, inject voltage = detected an end of

Ugin interruptiop

NOTE 2 The purpose

Is to check that the

sliding reference

voltage is built from an

initial value of Udin, not

refreshed until  the

voltage is applied.
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N° Target of the test

Testing points
according to Table 3

Complementary test
conditions

Test criterion (if
test is applicable)

Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided line “Frequency 50 Hz”. Instruments
intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in line “Frequency 60 Hz”. Instruments intended to work
both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided both in line “Frequency 50 Hz” and in line “Frequency

60 Hz".

Test points P1, P2, P3, P4 and P5 as described in Table 3 and in IEC 61000-4-30 table C.1.
Test point P1 must not be identified as a dip/swell, and testing point P2 must be identified as a dip/swell.
Recommended values for threshold dip is 90 % Uy;,,, for swell threshold is 110 % U, Hysteresis =2 %.

The use of sliding reference voltage is optional.

sliding_reference voltage

This test is applicable only if the manufacturer implements

Test signal phase 1

100 ;
50)
o
50— f
-100—
|

I

-15
0,1

Zero crossing at T1

-15

0,4
Zero crossing at Th+ 0 cycle
N Test sng al phase 3

0,5 0,6

100§

501

-50

-100

-15

0
T
100— :
50| :
o
50 :
-109
0
0

0,6

IEC 2949/13
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1/2 cycle RMS phase 1
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40—

20—

|

é-e-eoo 0000000000000000000000000600000060000d0600-00000:-0-(

10q

o0-0-0-0-6
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1/2 cycle RMS phase 2

o

80—

60—

40—

20—

°

I 0.0.00000000000000000/0000000:000

X

10q O

o0-0-0-6 O0—0-0—0—0-0—-0—-0—0—0- o o0-0-O-

-6

©
0,3

O-O-0-O

o

80—

60—

40—

20—

T

00 O0O0
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Figure 2 — Detail 1 of waveform for tes

(O

of dips according to test A4.1.1

AN

Udin

2 % Hysteresj
90 %

TS\ N

SN

O==0

2 % Hysteres|
0 %

Vdip duration

Vdip start

Vdip end

IEC 2951/13

Figure 3 — Detail 2

of waveform for tests of dips

according to A4.1.1

Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7

100 70 0 0 0 64 90 90
Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15

90 92 94 94 94 94 94 94

Figure 4 — Detail 3 of waveform for tests

of dips according to test A4.1.1

0,6
IEC 2950/13

S

w


https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

- 28 - 62586-2 © IEC:2013

Test signal: dip 60 %, 2,5 cycles

150

) /

IR

/\\/\/
TV
TVl

0,02 0,04 0,06

e —
4

IEC 2952/13

Figure 5 — Detail 1 of waveform for test ing to test A4.1.2

1/2cycle R

120 C >
100 N5‘/79 i)\/ L

g )

N

A

A
>

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

IEC 2953/13

Figure 6 — Detail 2 of waveform for tests of dips according to test A4.1.2


https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

62586-2 © IEC:2013 -29 —

Test signal: swell 200 %, 2,5 cycles

A
AR
\\i
\Vl

300

T

e ———
4

\VI \/’ \ / / <\<
200 ,\
0 0,02 0,04 0,06 08 N o1
IEC 2954/13
Figure 7 — Detail 1 of waveform for test of 'swe ding to test A4.1.2
200 \ >4 NI A4
180 \( - \\/
160 [ o o
@ N D S
S
40 f
20
0o 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12
IEC 2955/13

Figure 8 — Detail 2 of waveform for tests of swells according to test A4.1.2
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Udin —[
95 % Udin ---------------

87 % Udin """""""""""""""""""

50% Ugin § — — — - e _____

IEC 2956/13

Figure 9 — Sliding reference voltage tes

P P AN
din \

AN (\ X

-
Y%

Q IEC 2957/13
%\ e liding reference start up condition
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6.4.2 Check dips / interruptions in polyphase system
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
Ad4.2.1 Check that dips and P4 for frequency for at | This test does not - For each channel,
interruptions are properly least 15 s. require a synchronized check that the
detected in a polyphase ) _ generator. sequence of
system, by applying a single | Dip threshold = ?0 OA; ) . Urms(1/2) in the
test with a 3 phase non Ugin, hysteresis =2 % | - Begin the test with all | jq4ryment complies
synchronous disturbance that din three phases set to Uy, | to the sequence
contains both a dip and an Interruption threshold - At t1 (synchronized to | defined in Figure 9.
interruption i 100 % Uy;,, hysteresis zero F:rossir;g on phase | _ check that the
=2 % Uy, 1), inject 0 % Uy, on polyphase dip
phase 1 duration is correctly

Voltage steps should

be made on zero
crossing for each
phase.

- At t1+1cycle
(synchronized to ze
crossing on phase’2),
inject 0 % Uy
phase 2

(synchronijzed to zero
i n phase 2),

inject 100 % Uy, on
phase 2

2 At t4 (synchronized to
zero crossing on phase
1), inject 100 % Uy;,, on
phase 1

See Figure 11, Figure
12 and Figure 13

interfuptio
is correctly
as 1,5 cyc
the timing
defined in
IEC 61000]

- Check th
remaining
for the dip
measurem
correctly r
as 0 % U
the magnit
accuracy (g
IEC 61000}

h duration

reported
es (within
accuracy

L4-30).

At the
lvoltage

ent is
bported

L, (within
ude
efined in
+4-30).

Bt

Dip threshold

Interruption threshold

|

_,\

Dip starts

Interruption starts

NOTE The figure is not drawn to scale.

|

2 t3

[ - A

DINT duration

t4 DDIP duration

IEC 2958/13

Figure 11 — Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions
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A \
VY VY

e LA \ A

s VAN [
VAYIVATARRRTAS

/
S50

v

iy

3

t3
Figure 12 — Detail 2 of wavef% W\lphase dips/interruptions

Urms(1/2) Urms ms(1/2 rm\(ﬂ#ﬁ s(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
N 2 +4 N+5 N+6 N+7]
(s art (start of
dlp interrupt.)
Phase 1 100 }0\ \S\ \9 0 0 0 0
Phase 2 | | 100 100 100\ M 70 0 0 0 0
Phase 3 | [ 100\ | %00 106~ | 100 100 70 0 0
S 1/2& D\? ms(1/2) |"Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
+8 +9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+1[5
nd of (end of
inferrupt.) dip)
Phase 1 Q 0 0 0 0 70 100 100
Phase 2 0 0 0 70 100 100 100 100
Phase 3 0 70 100 100 100 100 100 100

Figure 13 — Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions
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6.4.3 Check swells in polyphase system
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A4.3.1. | Check that swells are P4 for frequency for at | This test does not — for each channel,
properly detected in a least 15 s. require a synchronized check that the
polyphase system by _ generator. sequence of
applying a single test with a Swelol thre§hold = ) ) Urms(1/2) in the
3 phase non synchronous 110 % Udin, hysteresis | - Begin the test with instrument
swell injection =2% Uy ;‘2' ltjhree phases set complies to the
Voltage steps shall be din sequence defined
made on zero crossing | — At t1 (synchronized in Figure 15
for each phase. to zero crqs_sing on _ Check that the
phase 1), inject polyphase swell
130 % U, on tefis
phase 1 reported
— Attl+1cycle 1:'?ismmg
hroni
(sync roni: defined
000-4-
at the
_ polyphasge swell
amplitude is
correctly reported
as 150 % Uy,
(within the
magnitufle
accuracy defined
in IEC 6[1000-4-
30).
crossings on
phase 1 and phase
3), inject 100 % U,
on both phase 1
and phase 3
— At t3 (synchronized
to zero crossing on
phase 2), inject
100 % Uy, on
phase 2
See Figure 14 and
/\ Figure 15
$ |
]
Swell ; — — :
amplitude » )
4 H !
' )
! )
i )
: I Swell threshold
—g | k
1 )
Phase 2 ) )
Phase 1 #,_ e ——
Phase 3 ! :
P >1| DPOLYSWL = t3-t1
) )
R
Swell starts |t ;
i t3
, IEC 2960/13

Figure 14 — Detail 1 of waveform for test of polyphase swells
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Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
N N-+1 N+2 N+3 N-+4 N+5 N+6 N+7
(start of
swell)
Phase 1 100 116 130 130 130 130 130 130
Phase 2 100 100 100 116 130 130 130 130
Phase 3 100 100 100 100 100 127 150 150
Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
N-+8 N+9 N+10 N-+11 N+12 N+13 N+14 N+15
/%:m of
S eI}—)\
Phase 1 | | 130 116 100 100 100 100/ \[Moo 100
Phase 2 130 130 130 130 130 1}N Ob\ W
Phase 3 | | 150 127 100 100 100 100 (409 100
Figure 15 — Detail 2 of waveform for te o\lkaa e s
6.5 Supply voltage unbalance
6.5.1 General
Use a 3 channel AC power source that ollowing stability ratinds under
the refefence conditions: voltage +0,0
NOTE Rgference conditions f
6.5.2 Measuremenmet Eas\ ertainty and measuring range
N° Targ f the test sting conditions Complementary test Test criterion (if
conditions test is applicable)
A5.1.1 Check accuracy of unbatance Wa\ 3 channel - check if ud and u2
measureme er source and is between 0 % and
adjust 0,15 %
Channel 1 (L1 to N) to
100 % of Uy,
Channel 2 (L2 to N) to
100 % of Uy,
Channel 3 (L3 to N) to
100 % of Ugin
A5.1.2 ||Chegek accuracy of unbalance | Connect the 3 channel | --- check if ud and u2
IIIUGDUIUIIIUIIt II"\C PUWTT SUUTLT Cllld ib bUtVVUUI 4,9 %
adjust and 5,2 %

Channel 1 (L1 to N) to
73 % of Udin

Channel 2 (L2 to N) to
80 % of Udin

Channel 3 (L3 to N) to
87 % of Udin
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N° Target of the test Testing conditions Complementary test Test criterion (if
conditions test is applicable)
A5.1.3 Check accuracy of unbalance | Connect the 3 channel | --- check if u0 and u2
measurement AC power source and is between 4,8 %
adjust and 5,1 %
Channel 1 (L1 to N) to
152 % of Udin
Channel 2 (L2 to N) to
140 % of Ugin
Channel 3 (L3 to N) to
128 % of Ugin
A5.1.4 | Check accuracy of unbalance | Connect a 3 channel --- check if ud = 2,47 %
[measurement with phase | AC power source and 15 %
displacement with a 4 wires adjust
system. 52 % £
Channel 1 (L1 to N) to
100 % of Ui , 0°
Channel 2 (L2 to N) to
90 % of Uyi, , -122°
Channel 3 (L3 to N) to
100 % of Ugj, , +118°
6.5.3 Aggregation
It shall pe verified that the aggregated est. An
accuracly test of the aggregated values

6.6 Vljoltage harmonics

6.6.1 Measurement m d
Each test shall last at Iﬁa\/\ secoq&
N° Tar test ints Complementary test Test criferion (if
o Table 3 conditions test is agplicable)
A6.1.1 ﬁ all be achieved according to the requirements of Annek E
A6.1.2 Apply reference --- TC10/12(L c)-harm
conditions, plus P1 for for the 2"(harmonic
harmonics (verify basic (2™ harmgnic is
subgroup measurement) present at{5 %)
Apply reference --- TC10/12(Yync)-harm
conditions, plus P1 for for the 2"lharmonic
interharmonics) (no significant
content dgtected)
Apply reference --- TC10/12(unc)-harm
conditions, plus S4 for for the 2" harmonic
interharmonics (2" harmonic is
present at 4 %)
A6.1.3 Check that measurements --- --- Verify that at least
are made at least up to the 50 harmonics are
50" order provided by the
device
A6.1.4 If total harmonic distortion is Apply reference --- TC150/180(unc)-thd
calculated, check that it is conditions plus P5 for (significant
the subgroup total harmonic harmonics distortion detected)
distortion (THDS) from
IEC 61000-4-7 Apply reference --- TC150/180(unc)-thd
conditions plus P5 for (no significant
interharmonics distortion detected)
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A6.1.5 Check that a crest factor of Apply reference --- TC150/180(unc)-
at least 2 is supported by the | conditions plus S1 for harm for all 50
device harmonics (crest factor harmonics

of 2)

A6.1.6 | Check that a properly Apply reference --- TC150/180(unc)-
designed anti-aliasing filter is | conditions plus 10 % harm for all 50
used on the device, providing | of Uy, at 75,0 x the harmonics (no
(in combination with fundamental frequency aliasing detected)
oversampling) an attenuation | ®
exceeding 50 dB for any
frequency producing an alias Apply reference --- TC150/180(unc)-
below or up to the 50th conditions plus 10 % harm for all 50
Rarmonic of-tamat+56-0-the “a...._v...\, (no

fundamental frequency /\( ;ng detected)
a

Apply reference --- D(unc)-
conditions plus 10 % 50

of Ugin at 501,0 x the (no
fundamental frequency btected)

? Only {hree mandatory anti-aliasing test points are defined here to imumytesting requirement.
Howeyer, depending on the sampling rate and filter charact r test, othgr spectral
conteft may be required to properly evaluate the operation 6f an_anti-alias The test lab applying this
proceflure may additionally choose to apply a set of broad|(spec¢trum signals as.a more exhaustive fest of the
anti-aliasing filter, using a network analyzer or other smrrl"r\ qu

6.6.2 Measurement uncertainty and m

6.6.2.1 Uncertainty under reference conditi

Each tept shall last at Iea{?‘(}\(\

N° Target of the est Test }po}m_? Complementary test Test criterion (if
ccording\to Table 3 conditions test is applicable)

A6.2.1 Check m certal efe n}a\c)a%dltlons --- TC150/18(Q(unc)-

— single ev plus PT\for harmonics harm for applicable
KA harmonics

A6.2.2 Check measuri g nce |n\y\ Reference conditions --- TC150/18Q(unc)-

- smgle odd\har s P2 for harmonics harm for applicable
harmonics

A6.2.3 easuring, Un erta\n}{ Reference conditions --- TC150/18Q(unc)-

single hig rmoni plus P3 for harmonics harm for applicable
harmonics

A6.2.4 Check suring . range — low | Reference conditions --- TC150/18Q(unc)-
end plus P4 for harmonics harm for applicable

harmonics

A6.2.5 Check measuring range — Reference conditions --- TCT5071780(unc)-
high end plus P5 for harmonics harm for applicable

harmonics

NOTE The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extraction, as it will be necessary to
extract measurement data for all 50 harmonics, and this is easier to do in a 3-s window than a shorter one.
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6.6.2.2

Each test shall last at least 10 s.

- 37 —

Variations due to single influence quantities

N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 4
A6.3.1 Check influence of frequency | Reference conditions S1 for frequency TC150/180(unc)-
on measurement uncertainty plus P1 for harmonics (lowest frequency) harm for all 50
(lowest harmonic harmonics
order)
Reference conditions S3 or S4for frequency TC150/180(unc)-
plus P3 for harmonics (highest frequency) harm for all 50
thtghest-harmenie —herrentes
order) ( \
N
A6.3.2 ||Check influence of voltage Reference conditions S1 for voltage (unc)-
magnitude on measurement plus P2 for harmonics magnitude (lowes I 50
uncertainty voltage)
Reference conditions S3 for valtage (unc)-
plus P2 for harmonics magnitude _(highe h or all 50
volka/})\ harmonics

NOTE The 150/180-cycle values are selected for these tests fo

i'will be necpssary to

6.6.3

Not applicable.

Measurement evaluation

9 XA
re e&&actl n,
extract measurement data for all 50 harmonics, and this is easier/fo do in a3-stwindow than a shorter ong.

6.6.4 Measurement aggregation
6.6.4.1 10/12 cycles
Each tept shall last at|l 10 min
ticks. /\
N° TargM Testing points Complementary test Test critlerion (if
\N ing to Table 3 conditions test is applicable)
A6.4.1 Check aggregationover 1 \Ig‘ye/rence conditions f=49,99 Hz or Test the tilne tag,
plus P2 for harmonics 59,99 Hz and the sejguence
) ) number of|blocks for
Test duration = 11 min the 3" hartmonic.
10 min tig

NOTE 59,99 Hz=%2999,5/600) x 12;

K hoNdele of the 10/12 cycle time interval number 3000.

49,99 Hz = (2999,5/600) x 10

6.6.4.2

150/180 cycle aggregation with 10 min synchronization

Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10 min

ticks.
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A6.5.1 Check aggregation overlap 2 Maintain reference f =50,125 Hz (covering | TC150/180(unc)-
conditions (including a | 50 Hz) or 60,15 Hz harm for the 3"
constant fundamental (covering 60 Hz) harmonic, with
component), and add depending on correct aggregation
varying harmonic manufacturer selection. | of the 10/12-cycle
content as described: values for each of
the two overlapping
— Start atP2 for 150/180—Cycle
harmonics aggregation
— Ramp the harmonic intervals
content down by
1 %/s until it
raaches-0-9
— Ramp the harmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2
— Repeat
10 min tigk should occur in the middle of the 150/180 cycle time interval number 201\ \)
NOTE 50,125 Hz = (200,5/600) x 150; 60,15 Hz = (200,5/600) x 180 \
6.6.4.3 10 min aggregation Q
Each tept shall last at least 11 min, and shall_contain_at’/least two consecutive RTC| 10 min
ticks.
N° Target of the test esting point \})omplementary test Test criterion (if
/_Q:o ding toxFRable conditions test is applicable)
A6.6.1 ||Check 10-min aggreg ion\( i f = 49,99 Hz or TC10-min(unc)-
59,99 Hz Test duration harm for the third
=11 min harmonic, with
correct aggregation

9,

h@rmonics

— Ramp the harmonic
content down by
1 %/s until it
reaches 0 %

— Ramp the harmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2

— Repeat

of the 10/12-cycle
values baged on the
block sequence
numbers

10 min tick should occur in the middle of the 10/12 cycle time interval number 3000.

NOTE 59,99 Hz = (2999,5/600) x 12;

49,99 Hz = (2999,5/600) x 10

6.6.4.4 2 h aggregation
N° Target of the test Testing points Complementary Test criterion (if test
according to Table 3 test conditions is applicable)
A6.7.1 Check 2-hour aggregation It shall be checked that the 2 h aggregated value is provided by the
equipment under test.
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6.7
6.7.1

Voltage inter-harmonics

Measurement method

Each test shall last at least 10 s.

-39 —

N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)

A7.1.1 Check that the 10/12-cycle A test shall be achieved according to the requirements of Annex E
measurement intervals are
gapless and non-overlapping

A7.1.2 Check that the 10/12-cycle Apply reference --- TC10/12(unc)-
measurements use the conditions, plus P1 for interharm for the
Interharmonic subgroup harmonics two Interhgrmonics
measurement (Uisg.h) from unding the 2n
IEC 61000-4-7 no

content
nic)
Apply reference - \ Wﬂunc)-
conditions, plus P1 for intefharm for the
interharmonics interharmgnic
between the
fundamenfal and the
2" harmoric
(interharmpnic is
(\ /\ present)

A7.1.3 ||Check that measurements )\ Verify that|at least
are made at least up to the 50 interhagmonics
50™ order are providéd by the

device

6.7.2 Measurement unce nge

6.7.2.1 Uncertaint

Each tet shall |@

N° Target of\the Mng points Complementary test Test criterion (if
/O\ rding to Table 3 conditions test is applicable)
A7.2.1 Reference conditions --- TC150/18Q(unc)-
interharm for all 50
interharmgnics

A7.2.2 P1 for interharmonics --- TC150/18Q(unc)-

interharm for all 50
interharmgnics

A7.2.3 Cheéck measu g uncertainty | P2 for interharmonics --- TC150/18Q(unc)-
—\single medium order interharm for all 50
mternarmonic fmternarmonics

A7.2.4 Check measuring uncertainty | P3 for interharmonics --- TC150/180(unc)-

— single high order interharm for all 50
interharmonic interharmonics

A7.2.5 Check measuring range — low | P4 for interharmonics --- TC150/180(unc)-
end interharm for all 50

interharmonics

A7.2.6 | Check measuring range — P5 for interharmonics --- TC150/180(unc)-
high end interharm for all 50

interharmonics

The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extraction, as it will be necessary to extract
measurement data for all 50 interharmonics, and this is easier to do in a 3 s window than a shorter one.
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Variations due to single influence quantities

N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion
according to Table 3 conditions according
to Table 4
A7.3.1 Check influence of frequency | P1 for interharmonics S1 for frequency TC150/180(unc)-
on measurement uncertainty (lowest interharmonic (lowest frequency) interharm for all 50
order interharmonics
P3 for interharmonics S4 for frequency TC150/180(unc)-
(highest interharmonic (highest frequency) interharm for all 50
order) interharmonics
A7.3.2 Check influence of voltage P2 for interharmonics S1 for voltage D(unc)-
magnitude on measurement magnitude (lowest for all 50
uncertainty voltage) nics
P2 for interharmonics S3 for voltage unc)-
magnitud ighest for all 50
voltage) nics
The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extraction, ﬁvill necessary|to extract
measurement data for all 50 interharmonics, and this is easier to do in a8zs wi w a shorter one.
6.7.3 Measurement evaluation \>
Not applicable. O
6.7.4 Measurement aggregation
6.7.4.1 10/12 cycles with 10 min sync izatio
Each tept shall last at least 1 in, a ain at least two consecutive RTC| 10 min
ticks. /\/\ Q\
N° Targeét of the test sWoints Complementary test Test critlerion (if
\\agcor ing’'to Table 3 conditions test is applicable)
A7.4.1 Check aggregation overlap,_ 1 Merharmonics f=49,99 Hz or Test the tilne tag,
59,99 Hz and the sejguence
o ) number of|blocks for
Test duration =11 min | the interhgrmonic at
7,5xthe fupdamental
e frequency|
10 min tick s UMU in“the middle of the 10/12 cycle time interval number 3000.
NOTE 59,99 Hz'= 99,5) 600) x 12; 49,99 Hz = (2999,5 / 600) x 10
6.7.4.2 150/180 cycle aggregation with 10 min synchronization
Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10 min
ticks.
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A7.5.1 Check aggregation overlap 2 Maintain reference f =50,125 Hz (covering | TC150/180(unc)-

conditions (including a
constant fundamental
component), and add
varying interharmonic
content as described:

— Start at P2 for
interharmonics

50 Hz) or 60,15 Hz
(covering 60 Hz)
depending on
manufacturer selection.

interharm for the
interharmonic at
7,5xthe fundamental

frequency,

with

correct aggregation

of the 10/1
values for

2-cycle
each of

the two overlapping
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
— Ramp the 150/180-cycle
interharmonic aggregation
content down by intervals
1 %/s until it
reaches 0 %
— Ramp the
interharmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2
— Repeat
10 min tick—should occur in the middle of the 150/18Q r‘yr‘ln time interval number 201
NOTE 59,125 Hz = (200,5/600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180
6.7.4.3 10 min aggregation
Each tepst shall last at least 11 min, and shall contain atdeast twoconsecutive RTC|{ 10 min
ticks.
N° Target of the test Testing points Compl eWst Test criterion (if
/gon itions test is applicable)
A7.6.1 Check 10-min aggregation fl= 45\,\9} ,99 Hz TC10-min(unc)-
st duratjon = 11 min interharm for the
interharmdnic at 7,5
x the fundamental
frequency,| with
correct aggregation
of t
TC150/18Q(unc)-
interharm for all 50
interharmdnics he
10/12-cycle values
based on the block
r sequence humbers
ihterharmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2
(\ \ — Repeat
10 min tidk should oceur i Mddle of the 10/12 cycle time interval number 3000.
NOTE 59,99 Hz)= (2 / 600) x 12; 49,99 Hz = (2999,5 / 600) x 10
6.7.4.4 2 h aggregation
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A7.71 Check 2-hour aggregation It shall be checked that the 2 h aggregated value is provided by the
equipment under test.
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6.8 Mains signalling voltages on the supply voltage
6.8.1 Measurement method
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A8.1.1 Verify that the user can --- --- Product allows the
specify the carrier frequency user to configure
to monitor, up to 3 kHz monitored carrier
frequencies up to
3 kHz
A8.1.2 | Verify that the user can --- --- Product allows the
specify the detection user to configure
threshold (above 0,3 % Uy, ) detection threshold
and length of recording and recording
period (up to 120s) periad.as)$pecified
A8.1.3 If method 1% is implemented, Configure the product --- -7
verify proper implementation to monitor a carrier
frequency of 1 060 Hz.
Apply the following
test points for mains
signalling, each of
which apply two
interharmonic
frequencies
simultaneously on th
same signal m (\
refe/pe’r}SQ con ns. N
1060 i TC10/12(upnc),
(shoul where the fexpected
value is the RMS
voltage for the
component at
1060Hz orly
TC10/12(upnc),
where the expected
value is the RMS
voltage for the
component at
1060Hz orfly
A8.1.4 Configure the product --- ---
onitor a carrier
frequency of
316,67 Hz.
Apply the following
test points for mains
signalling, each of
which apply two
interharmonic
frequencies
:imlllfnnnnllel\]/ onthe
same signal under
reference conditions.
Middle two bins --- TC10/12(unc),

(should both count
toward MsV):

P3 at 315 Hz and
P3 at 320 Hz

where the expected
value is the root of
the sum of squares
for the four bins
closest to the
monitored frequency
only:

310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz
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N° Target of the test Test criterion (if

test is applicable)

Testing points
according to Table 3

Complementary test
conditions

Outer two bins (should | --- TC10/12(unc),

both count toward
MsV):

P3 at 310 Hz and
P3 at 325 Hz

where the expected
value is the root of
the sum of squares
for the four bins
closest to the
monitored frequency
only:

310 Hz

315 Hz

Two bins adjacent to
the calculation range
(should not count
toward MsV):

P3 at 305 Hz and

P3 at 330 Hz

(

squares
r bins

he
monitored [frequency
only:

310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz

A8.1.5 If method 1% and method 2° --- Product pgdsses both
are both implemented, and 8.1.3 and $.1.4
the manufacturer claims to without mgnual
dynamically select th intervention
method based on the‘user-
specified frequen
(IEC 61000-4-30 ¢a
the “preferred” approa
verify that the pro
the appropriat me
A8.1.6 |[|Verify that the produst \ﬁgyré the product --- ---
indicates when a‘signa to use a detection
exceeds the ection threshold of 0,5 %,
threshofld and to monitor a
carrier frequency of
316,67 Hz, then apply
the two tests below.
a) Apply P1 for mains --- The produft does
signalling (carrier not indicate that the
frequency of signal has|exceeded
316,67 Hz). the detection
threshold
b) Apply P2 for Mains --- The product does
Signalling (carrier indicate that the
frequency of signal has exceeded
316,67 Hz). the detection
threshold
A8.1.7 | Verify that the product can Configure the product --- The maximum level

record the 10/12-cycle signal
voltage values during the
recording period following the
detection, to give the
maximum level of the signal
voltage during this time.

to use a recording
period of 120 s, and
then apply the same
test as 8.1.6 b).

of the signal voltage
during the 120 s
recording period can
be determined from
the recorded 10/12-
cycle values.

a

b

value interharmonic bins”.

“Method 1” refers to the method based on “the corresponding 10/12-cycle RMS value interharmonic bin”.

“Method 2” refers to the method based on “the root of the sum of the squares of the 4 nearest 10/12-cycle RMS
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Measurement uncertainty and measuring range

N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A8.2.1 Verify measurement P2 for mains signalling | --- TC10/12(unc) for
uncertainty for a carrier (carrier frequency of the chosen method
frequency of 316,67 Hz 316,67 Hz)
P3 for mains signalling | --- TC10/12(unc) for
(carrier frequency of the chosen method
310,07/ HZ) /
P4 for mains signalling | --- TC10/32(unc) for
(carrier frequency of theyehosen method
316,67 Hz) (\
P5 for mains signalling | --- TC /1\2(/ﬁnc) for
(carrier frequency of e chosern method
316,67 Hz) N
A8.2.2 Verify measurement P2 for mains signalling | --- \ TC10/12(unc) for
uncertainty for a carrier (carrier frequency of the chosenp method
frequency of 1 060 Hz 1 060 Hz)
P3 for mains sign in\g\/}-- TC10/12(upc) for
(carrier frequency o the chosenp method
1 ogo’eﬁx)\
P4 formains.si auin\g\ \/ TC10/12(upc) for
(carrie quency of the chosenp method
1 060 Hz)
P5 fok mains signalli \;/ TC10/12(ujnc) for
(carrier frequency of the chosen method
1060
A8.2.3 Verify measurement r mat s\sig.ua%{ing --- TC10/12(ujnc) for
uncertainty forla carfie (cagrier frequency of the chosen method
freque 2 9Y5 Hz 209
P3\for mains signalling | --- TC10/12(ujnc) for
rrier’frequency of the chosen method
2 975 Hz)
\Pﬂ/for mains signalling | --- TC10/12(ujnc) for
(carrier frequency of the chosen method
2 975 Hz)
P5 for mains signalling | --- TC10/12(ujnc) for
(carrier frequency of the chosen method
2 975 Hz)
6.8.2.2 Variations due to single influence guantities

Each test shall last at least 1 s.

N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 4
A8.3.1 Check influence of P3 for mains signalling | S1 for Frequency TC10/12(unc) for

frequency on

measurement uncertainty

(carrier frequency of
2 975 Hz)

the chosen method

P3 for mains signalling
(carrier frequency of
1060 Hz)

S3 for Frequency

TC10/12(unc) for
the chosen method

P3 for mains signalling
(carrier frequency of

316,67 Hz)

S4 for Frequency

TC10/12(unc) for
the chosen method
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 4

A8.3.2 Check influence of voltage | P3 for mains signalling | S1 for Voltage TC10/12(unc) for
magnitude on (carrier frequency of magnitude the chosen method
measurement uncertainty 316,67 Hz)

P3 for mains signalling | S3 for Voltage TC10/12(unc) for
(carrier frequency of magnitude the chosen method
316,67 Hz)

A8.3.4 Check influence of P3 for mains signalling | S1 for Harmonics TC10/12(unc) for
harmonics on (carrier frequency of the chosen method
measurement uncertainty 316,67 Hz)

P3 for mains signalling | ST for Harmonics T0712(uhnc) for
(carrier frequency of the ‘ehosen method
1060 Hz)

6.8.2.3 Measurement evaluation

Not applicable.

6.8.3 Aggregation

Not applicable.

6.9 Measurement of underdeviatio

6.9.1 Measurement method

Tests fd table below for 10/12-cyclg values

only (aggregation is specified

IEC 61000-4-30:2008 |d t method for Umg.underi @Nd Ulms.overi

based gn the 10/ ns-200ms.i» Where i denotes the specific 10/]2-cycle

interval | Howev under) and overdeviation (U,,,) are only described
within the aggreg able>below assumes that U4, and U,,,, may|also be

calculat
to aggre

For the

bd for everny 1

device shall

make available at

using the same formula from the aggregation

least one of U

section

under and

Urms-und over anNd U, sover- All Of the values that are made 4vailable
shall co ments stated below
Each tes
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A9.1.1 Steady-state test — check for P5 for magnitude of --- For every 10/12-

proper calculation of U,

under’

U

under’ Urms-over and
when U,

over rms-200ms

> U

rms-

din

is 150 % of Uy, )

supply voltage (voltage

cycle value:

Urms-under =U,
Uunder =0%
U =U

rms-over
200ms
Uover (U

dln) / U
50 %]

din
rms-

[approx
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N°

Target of the test

Testing points
according to Table 3

Complementary test
conditions

Test criterion (if
test is applicable)

A9.1.2

Steady-state test — check for

proper calculation of U,
Urms over and

rms-200ms ~ ~din

Uunder'

under’ a
over WNen

Reference conditions
(magnitude of supply
voltage is Uy, £ 1 %)

For every 10/12-
cycle value:

U =U, or

rms-under din
rms-200ms’

whichever is lower

Uunder = (Udin -
rms-under din

[approx 0 %]
U =U

rms-over din or

rms-200ms’, .
whichever is higher

<

fms-over —
| [approx

A9.1.3

Steady-state test — check for
proper calculation of U,
u and

under’ “under’ ~rms-over
Uover when Urms-200ms < Udin

P1 for magnitude of
supply voltage (voltage

is 10 % of Uy, )

@

/12-

Ur Zunder T

200ms (the
magnitude|of supply

voltage)

Uunder = (L

rms-under din

[approx 900 %]
U =|U

rms-over din

U =09

over

rms-

A9.1.4

Non-steady-state test —
check that all 10/12-cycle
values are calculated without

gaps

® @

20/24cycles 40/48cycles 60/72cycles 80/96cycles

Sequence |of
expected VJalues:

10/12-cycle values
will repeat|in groups
of four states:

1.U =P %
2. U =P %
3. U, =50 %
4. U 50 %

under
under
under

under™

NOTE THose
values car| deviate
dependingfon 10/12
cycles
synchronigation
accuracy.

A9.1.5

Non-steadyMtest -

cheek that all 10/12-cycle

Vr.m.s

Sequence |of
expected VJalues:

values are calculated without
gaps

P3 [(100%)

P1 (0% __

EC

® @

NG

>
20/24cycles 40/48cycles 60/72cycles 80/96cycles

10/12-cycle values
will repeat in groups
of four states:

1. U 0 %
2. U 0 %
3. U, 90 %
4. U 90 %

under=
under™
under™

under

NOTE Those
values can deviate
depending on 10/12
cycles
synchronisation
accuracy.
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A9.1.6 Verify number of values N/A --- On single-phase
produced systems, 1 value is
provided for each of
Urms—under and Urms—

over’

On 3-phase 3-wire
systems, 3 values
are provided for
each of U
and U

rms-over’

On 3-phase 4-wire
ither 6
values
ided for
ns-under

-oprer-

rms-under

A

6.9.2 Measurement uncertainty and measuring range
6.9.2.1 General

For underdeviation and overdeviation, the calculated/values™aretdependent on the underlying

10/12-c e. The relevant tests
in 6.2.4 i casurement uncertajnty and
measuri

6.9.2.2

Coveredq by 6.2.4.1.

It is sufficient to verif i cle calculations for magnitude of supply
voltage Imeet the releva

6.9.2.3

Covered

It is suffici
voltage

[ supply

6.9.3

Not applicable.

6.9.4 Measurement aggregation
6.9.4.1 General

In IEC 61000-4-30:2008, Equations (6) and (7) specify the aggregation method for
underdeviation and overdeviation in a slightly different manner than for other parameters. The
following tests are intended to verify that these aggregation methods are implemented

properly.
6.9.4.2 10/12 cycles with 10 min synchronisation

Covered by 6.2.2.

It is sufficient to verify that the underlying 10/12-cycle calculations for magnitude of supply
voltage are properly synchronized at the 10-min tick.
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6.9.4.3 150/180 cycles aggregation with 10 min synchronisation
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A9.2.1 Verify proper aggregation of The 10/12-cycle

U, e @nd U, for the Vr.m.s. RMS values will
150/180-cycle interval repeat in groups of
(according to equations 6 A four, as per 9.1.3.
and 7 from
IEC 61000-4-30:2008): ps These 10/12-cycle
150 %) - === -- RMS values shall be
( ° recorded, and
[ synchronized with
([$u2 the associated
P =i 150/180-cycle
din l|i o ) P1 U
Dinger — Ugn Do 1(10 %) \ ; \ under
1 1 1
1 1 1
. : : BO-cycle
—_— 20/24 40/48 60/72 Lt be
|iur2m_m” cycles cycles cycles )vith the
e U Frequency = 50 Hz / 60 Hz (or both/wh n‘gat'ﬁgs
Ugver = [%] licabl
Ugn applicable) L RMS
Test shall last at least 10 s. values, using

Equations |6 and 7.

A9.2.2

Verify that the 150/180-cycle
aggregations for U and
U, are re-synchronized at

the 10-min tick

9,

(10 %) \ . . :
1 1 1
1 1 1 :
20724 0/48  60/72  80/96
cycles cycles

cycles cycles
0,125 Hz / 60,15 Hz (or both when

t'shall last at least 11 min, and shall contain
at least two consecutive RTC 10 min ticks.

The 10/12{cycle
RMS valugs will
repeat in droups of
four, as pgr 9.1.3.

These 10/12-cycle
RMS valugs shall be
recorded, gnd
synchronized with
the associated
150/180-cycle
values for [U
and U, -

The final 150/180-
cycle valug in one
10-min int¢rval and
the first (rq
synchroniged)
150/180-cycle value
in the nextf 10-min
interval shpll both
be consistgnt with
the theoretical
values derjved from
the 10/12-gycle
RMS valugs, using
equations p and 7.

under

10 min tig

k_should occur in the middle of the 150/180 cycle time interval number 201.

NOTE 50,125 Hz = (200,5/ 600) x 150;

60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180.

6.9.4.4

10-min aggregation

Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10 min

ticks.
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A9.3.1 Verify proper aggregation of Vr.m.s. The 10/12-cycle
Uunder and Uover for the 10- RMS values will
min interval (according to ‘r repeat in groups of
Equations 6 and 7 from four, as per 9.1.3.
IEC 61000-4-30:2008): PS 1 _____
) (150 % These 10/12-cycle
RMS values shall be
recorded for the
P1 entire 10-min
(10 %) ' ! ! ! - interval, and lined
':Umu under, ! ' ' ' up with the
=1 1 L 1 1 : . _ .
o Yany n 6l 20/24 40/48 60/72 80/96 associated 10-min
unger Ugn cycles cycles cycles cycles values for Uunder
_ in values
e Freq_uency =50 Hz / 60 Hz (or both when nsistent
|Z r?'nd—merl app“cable) oretical
— ~Uan %ed from
Ugyer = Uy [%] :yCIe
" Test shall last at least 11 min, and‘shall ¢ in s, using
at least two consecutive RTC/?O\Qi tick§\ band 7.
6.9.4.5 2 h aggregation \
N° Target of the test Testing poin \/ nta est Test criterion (if
acct}r\mg to Table\3 7&7 test is applicable)
A9.4.1 Check 2-hour aggregation It shall bexch ke at the\2 h\aJ ated value is provided by the
equipment test
6.10 FJagging
N° Target of the teg\ ( \%gwtsv Test criterion (if test is appli¢gable)
A10.1.1 | Check flagging is not set clude/at Check there is no flagging in all aggregated
When flagging conditi e?2 intervals.
are not me@
This test can be
ith another test
that oes not include
agging conditions.
A10.1.2 Flagging in“polyphase >D|p 70 % of Ugjn, 1 Each of the parameters listed beloy is
system\cause voltage hannel L2, Duration: 100 flagged within each of the correspgnding
i measurement intervals that contair| the
dip/swell/interruption (as illustrated in Figure
For This test shall include at 18p). P ( 9
least 1 complete 2 h ’
interval. — Flicker (2-hour PIt)
NOTE For reasons of efficiency| this test
oty exammmes - the—ftaggimgof fticker (2-hour
Plt values), even though other 2-hour values
are also expected to be flagged.”
A10.1.3 Flagging in polyphase Dip: 70 % of Ugjn, 1 Each of the parameters listed below is
system caused by voltage channel, L2, Duration: flagged within each of the corresponding
dip ® 100 ms measurement intervals that contain the
dip/swell/interruption (as illustrated in
Figure 16):
— Power frequency (10-second)
— Voltage magnitude (10/12-cycle, 150/180-
cycle, 10-min)
— Flicker (10-min Pst)
— Supply voltage unbalance (10/12-cycle,
150/180-cycle, 10-min)
A10.1.4 Flagging in polyphase Swell: 120 % of Udin’ 2 _ VoItage harmonics (10/12-cyc|e, 150/180-
system caused by voltage channels, L1+L3, Duration:
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N° Target of the test Testing points Test criterion (if test is applicable)
swell @ 100 ms cycle, 10-min)
A10.1.5 Flagging in polyphase Interruption: 0 % of Ugjn, 3 — Voltage interharmonics (10/12-cycle,

system caused by voltage
interruption ®

channels, L1+L2+L3,
Duration: 100 ms

150/180-cycle, 10-min)
Mains signalling (10/12-cycle)

Underdeviation and overdeviation (10/12-
cycle, 150/180-cycle, 10-min)”

The 100 ms dip / swell / interruption must begin and end within the same 10/12-cycle interval, and within the same

10 s interval for frequency.

For instruments using the polyphase approach for data flagging, the flag is applied to all measured phases. For
instruments using the channel by channel approach, the flag is applied only to the phasgs\) containing the dip /

swell / [terruption event. The polyphase approach and the channel by channel sapproach 15 defined in
IEC 625B6-1.
NOTE Seel explanation in Figure 16. /\ “
RTC
10-min fck
'
(]
: : Dip/swell/interruption '
b /2 cycle rmsy Brnnil/2 Oyole MMSysu
T O (T
i LTI
: 1.12 13.24 169..180 1.12 13..24
: 1.10 11..20 141..150 1..10 11..20
:
'
Y 10/12 cycles [ 10/12 cycl(%s M}a@ |10/12 cycles[10/12 cycles|10/12 cycles
: 1 2 15 1 2
: overdeviation
[} \4 A \ 4 \4 \ 4 \4

150/180 c%'eNn\\Q\ ~

150/180 cycle time interval |(n+1)

’
%

N
: oItaWe, Supply voltage unbalance, Voltage harmonics, Voltage interharmonics,

nderdeyiation_.and @verdeviation, Flicker Pst
! &finterval (x)
: Flicker PIt
']
RTC
10-s tick

10-s interval (z)

Frequency

Legend

| Flagged data IEC 2961/13

Figure 16 — Flagging test for class A
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6.11 Clock uncertainty testing

N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
A11.1.1 | Check clock uncertainty 1) Verify that instrument is operating with clock synchronization (check

device status).

2) Inject a fixed duration interruption with a synchronized signal
generator and note start time of interruption T1start.

3) Verify the instrument has detected an interruption and note the
measured start time (reading) T1start_mes. Check the accuracy of
T1start_mes, it shall be T1start £ 1 cycle.

4) Disconnect or disable the synchronization and leave the instrument
measuring for at least 24 h.

NOTE During that time, the device is a

bd for any
test not requiring synchronization.

5) Inject a fixed duration interruption

generator and note start time of j

7) Verify the clock uncertain
Modulus(TZStart -T2start>

See Figure 17.
NOTE 1 |The injected interruption 2) and 5) will have an grbitrar tlo®

NOTE 2 [T1start_mes and T2start_mes have atesolution of + 20 ms.

(A(\

Generator interrupt \>

T1 stlb*\/\ bs

Generator interrupt
T2start

. .

t i
| '

v

Instrument reading

Instrument reading
v T1start_mes

T2start_mes

IEC 2962/13

Figure 17 — Clock uncertainty testing

6.12 Variations due to external influence quantities

6.12.1 General

The variations shall only be checked for frequency measurement and for voltage
measurement.
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N°

Target of the test

Testing points
according Table 3

Complementary test
conditions according
to Table 6

Test criterion (if
test is applicable)

A12.1.1

Check the influence of low
temperature

P1 for Frequency 2

ET1

Measurement value
will be used for
further calculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
~Hprits—e-gq Figure 2

A4

of 1EC 62986-1)

P2 for Frequency 2

ET1

ashﬁgrgent value
ilhbe used for
ther_calfulation

Check each 10 s

asGrement
complies With the
limits (e.g.| Figure 2
of IEC 625986-1)

P3 for Frequency 2 </

Measuremgnt value
will be used for
further calgulation

Check each 10 s
measuremgent
complies With the
limits (e.g.|Figure 2
of IEC 62586-1)

or VoItége\)
magnifude

AN

ET1

Measuremgnt value
will be us€gd for
further calgulation

Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits (e.g.|Figure 2
of IEC 62586-1)

\Ii3/i{)r Voltage
magnitude

ET1

Measuremgnt value
will be us€d for
further calgulation

Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits (e.g.| Figure 2
of IEC 62986-1)

P5 for Voltage

ET1

Measuremgnt value

el
mragnooe

witHbe—ts for

further calculation

Check each 10/12
cycles measurement
complies with the
limits (e.g. Figure 2
of IEC 62586-1)

Clock uncertainty
(check driftona 8 h
duration)

ET1

Less than 333 ms

A12.1.2

Check the influence of worst
case temperature

P1 for Frequency 2

ET2

Measurement value
will be used for
further calculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
limits (e.g. Figure 2
of IEC 62586-1)
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N°

Target of the test

Testing points
according Table 3

Complementary test
conditions according
to Table 6

Test criterion (if
test is applicable)

P2 for Frequency 2

ET2

Measurement value
will be used for
further calculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
limits (e.g. Figure 2
of IEC 62586-1)

P3 for Frequency 2

ET2

Measurement value
will be used for
—fartherealgulation

9,

h 10 s
ent

ith the
[Figure 2
86-1)

P1 for Voltage
magnitude

A5

P

astrement value
will'be used for
further calgulation

Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits (e.g.|Figure 2
of IEC 62586-1)

P3 forVoltage
magnitude

N
O

R

>

Measuremgnt value
will be us€gd for
further calgulation

Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits (e.g.| Figure 2
of IEC 62986-1)

P5 rw
agnitude

ET2

Measuremgnt value
will be us€gd for
further calgulation

Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits (e.g.| Figure 2
of IEC 62986-1)

Clock uncertainty
(check driftona 8 h
duration)

ET2

Less than B33 ms

A12.1.3

Chebk the influefice of high
temperature

P1 for Frequency 2

ET3

Measuremgnt value
will be used for

forther—catculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
limits (e.g. Figure 2
of IEC 62586-1)

P2 for Frequency 2

ET3

Measurement value
will be used for
further calculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
limits (e.g. Figure 2

of IEC 62586-1)



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

- 54 - 62586-2 © IEC:2013
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 6
P3 for Frequency 2 ET3 Measurement value
will be used for
further calculation
Check each 10 s
measurement
complies with the
limits (e.g. Figure 2
of IEC 62586-1)
P1 for Voltage ET3 Measurement value
magnitude will be used for
=Rarther-ealtulation
h 10/12
asurement
ith the
[Figure 2
86-1)
P3 for Voltage ET3 \ M@l\a}arement value
magnitude will'be used for
further calgulation
Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits (e.g.|Figure 2
AN of IEC 62586-1)
P5 forVoltage Ew Measuremknt value
magnitude will be used for
further calgulation
Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits (e.g.| Figure 2
(\ of IEC 62586-1)
Clo Wnty ET3 Less than B33 ms
heckdrift6n a 8 h
duration
N
2 Instrumgnts intende rk at50 shall use the figures provided in the line “Frequency 50 Hz". Instriments
intended to work at'60 shall.use the.figures provided in the line “Frequency 60 Hz”. Instruments intenfded to
work both at SO(H\a\G Hzsshall use the figures provided both in lines “Frequency 50 Hz" and “Frequgncy
60 Hz".

N
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Influence of power supply voltage

N°

Target of the test

Testing points
according Table 3

Complementary test
conditions according
to Table 6

Test criterion (if
test is applicable)

A12.2.1

Check influence of low power

supply voltage

P1 for Frequency 2

EV1

Measurement value
will be used for
further calculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
limits

P2 for Frequency 2

EV1

Measurement value

~will be use

d for

Culation

h 10 s
ent
§>th the

P3 for Frequency 2

EV1 \

Wrem
will*be use
further cal

Check eac
measurem
complies
limits

ent value
d for
Culation

h 10 s
ent
ith the

P1 for Voltag N\

magnitude

N

Measurem
will be us¢
further cal

Check eac
cycles me
complies W
limits

ent value
d for
tulation

h 10/12
hsurement
ith the

or Volta
gnitude

S

EV1

Measurem
will be us¢
further cal

Check ead
cycles me
complies
limits

ent value
d for
Culation

h 10/12
hsurement
ith the

P5 for Voltage
magnitude

EV1

Measurem
will be use
further cal

Check eac
cycles me
complies W
limits

ent value
d for
tulation

h 10/12
hsurement
ith the

A12.2.2

Check influence of high

P1 for Frequency @

EV2

Measurem

ent value

power supply voltage

will be used for
further calculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
limits

P2 for Frequency 2

EV2

Measurement value
will be used for
further calculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
limits
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N° Target of the test

Testing points
according Table 3

Complementary test
conditions according
to Table 6

Test criterion (if
test is applicable)

P3 for Frequency 2

EV2

Measurement value
will be used for
further calculation

Check each 10 s
measurement
complies with the
limits

P1 for Voltage
magnitude

EV2

Measurement value
will be used for
further calculation

h 10/12
hsurement
ith the

P3 for Voltage
magnitude

EV2

ent value
d for
furthet calgulation

Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits

P5 for Voltage
magpitude

Measuremgnt value
will be us€gd for
further calgulation

Check each 10/12
cycles measurement
complies With the
limits

a

Instrumgnts intended to work
intended

t 50\@4

to work at 60 Hz shall use the figures i
work bofh at 50 Hz and 60 shalkuse the figures
60 Hz".

all u

ovided in the line “Frequency 50 Hz". Instr

ments

ine “Frequency 60 Hz”. Instruments intenfded to

oth in lines “Frequency 50 Hz” and “Frequgncy

7 Functional<te>

acdording to'lE

71 P
7.1.1

Frequency mea

7.1.2 Measurement method

ent’shall be made on the reference channel.

The testing procedure is identical to the one defined for ‘Class A’.

Each test shall last at least 2 min.
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S1.1.1 | Check that averaging interval | Loop (see scheme TC10s(sam)
is10 s below):
P1-P3 triangle Count the number of
frequency readings in 2
Duration: 5 s min Ny eSS TC(11 N <13)
P3-P1 triangle
Duration: 5 s
fHz
A
P3 -
I T
7.1.3 Measurement uncertainty and measuring
7.1.3.1 Uncertainty under reference conditj
The tesling procedure is identical to the o
Each test shall last at least 1 min.
(BN
N° Target of the te T stinb@ts Complementary test Test critlerion (if
/%e{ ing t blﬁ3 conditions test is applicable)
S1.2.1 Check measuring Nge N I?‘l\@r W --- TC10s(unq)
S1.2.2 Check mea}x{ingkang{\ P>\fo?\r\requ ncy @ --- TC10s(unq)
S1.2.3 ||Check me%up‘}g r@ge g 3 f(Ne ency 2@ --- TC10s(unq)
2 |nstruments intended<o work a the figures provided line “Frequency 50 Hz”. Instruments
intended to work the figures provided in line “Frequency 60 Hz”. Instruments intendéd to work
both gt 50 Hz and\60 Nz figures provided both in line “Frequency 50 Hz” and in line “Frequency

60 Hz[.

S\

7.1.3.2 s due to single influence quantities

The test is identical to the one defined for ‘Class A’.

Each test\shall last at least 1 min.

N° Target of the test Testing points Complementary Test criterion
according to test conditions (if test is
Table 3 applicable)

S1.3.1 Measure influence of voltage magnitude EZ for Frequency @ | S1 for voltage TC10s(unc)
on measurement uncertainty (for further magnitude.
calculations as required in 8).

S1.3.2 Measure influence of harmonics on EZ for Frequency @ | S1 for Harmonics TC10s(unc)
measurement uncertainty (for further
calculations as required in 8).

Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided line “Frequency 50 Hz". Instruments

intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in line “Frequency 60 Hz”. Instruments intended to work
both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided both in line “Frequency 50 Hz” and in line “Frequency
60 Hz".

Frequency measurement is made on the reference channel.
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7.1.4 Measurement evaluation
N° Target of the test Test
S1.4.1 Reference channel It shall be checked that the frequency measurement is made on the
reference channel
7.1.5 Measurement aggregation

Aggregation is not required for power frequency

7.2 Magnitude of the supply voltage

7.21 Measurement-method

The tesling procedure is identical to the one defined for ‘Class A’.

Each tept shall last at least 1 s. (\

N Target of the test Test \\ \
S2.1.1 Check gapless and non- A test shall be achieved according M r Wts of Anneix E.
overlapping measurement

NOTE Thpe following tests are not listed here because they are(covered by © er}esgkéheck true RMS

measurement (covered by other tests), Check basic accuracfy’gf 10/ yclés) measurement (covered by ofher tests)

7.2.2 Measurement uncertainty a

7.2.2.1 Uncertainty under reference condi

The tesling procedure is i

Each tegt shall last at least 1°s. “

N° Target of\the'test sWeints Complementary test Test critlerion (if
cording to Table 3 conditions test is applicable)
s2.2.1 ||check measuring range orVoltage TC10/12(uhc)
(W\ maghitude

S2.2.2 |[Check suxing\ran P3 for Voltage --- TC10/12(ujnc)
magnitude

S2.2.3 he ea in}ran e P5 for Voltage --- TC10/12(ujnc)
magnitude

7.2.2.2 VMdue to single influence quantities

The testingprocedure s denticatothe omedefimedfor CtassA™

Each test shall last at least 1 s.
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 4
S2.3.1 Measure influence of P3 for Voltage S1 for Frequency TC10/12(unc)
frequency on measurement magnitude
uncertainty (for further
calculations as required in 8). S3 for Frequency TC10/12(unc)
S4 for Frequency TC10/12(unc)
S2.3.2 Measure influence of P3 for Voltage S1 for Harmonics TC10/12(unc) on
harmonics on measurement magnitude ch1 compared to a
uncertainty (for further reference voltage
ua:uu:at;ullo ao IC\..{U;IUd ;II 8\’. (
N
7.2.3 Measurement evaluation
Not applicable.
7.2.4 Measurement aggregation
7.2.4.1 10/12 cycles with 10 min synchronisatig

Not requiired for Class S.

Class S| requires gapless and non-ove re is no

further fequirement on 10 min synchroni

7.2.4.2 150/180 cycles aggregation wi(lQS mi

Each tept shall last atpeast 11 ' min,_an 10 min

ticks. ’&

N° Tar@h test T tMoints Complementary test Test criterion (if

according to Table 3 conditions test is applicable)
N

S2.5.1 Check gapl Loo \dee scheme f =50,125 Hz (covering | Check 150/180

implementa

below):

— Voltage changing

linearly from P1 to
P3 for 1min
duration, then

— linearly from P3 to

P1 for 1min duration

50 Hz) and/or 60,15 Hz
(covering 60 Hz)
depending on
manufacturer selection.

cycles aggregation
comply wit
IEC 61000}-4-30

=

1 min

2 min 3 min

10 min tick should occur in the middle of the 150/180 cycle time interval number 201.

NOTE 50,125 Hz = (200,5/ 600) x 150;

60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180
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7.2.4.3 10-min aggregation
Each test shall last at least 11 min, and shall contain at least two consecutive RTC 10 min
ticks.
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion
according to Table 3 conditions according
to Table 4
S2.6.1 Check 10-min aggregation Loop (see scheme S2 for Frequency Check 10 min
below): aggregation comply
. with IEC 61000-4-30
— Voltage changing
linearly from P1 to
P3 for 1min
UurdliUfl, men
— linearly from P3 to
P1 for 1min
duration /\
u()
Pax, ,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
P1
7.2.4.4 2-h aggregatiO/a\ & “\\\>
N° Target of the te ing'point Complementary test Test criterion (if
(a&gor igto Table 3 conditions test is applicable)
S2.7.1 Check 2-h regation It shall\he checked that the 2-h aggregated value is provided by the
2@% equipme der test.
7.3 Fi \V
Tests st ding to IEC 61000-4-15 testing requirements
7.4 § ge interruptions, dips and swells
NOTE Fprther guidance for testing is provided in Annex C and Annex D.
7.41 General requirements
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S4.1.1 Verify that the appropriate P4 for Frequency ® for | This test does not For U, (1)

u_.(1)oru

rms
used.

If U (1/2) is used, check
U (1/2) are independently
synchronized on each
channel on zero crossing.

(1/2) are

rms

atleast 15s ¢ .

Voltage step should
be made on zero
crossing.

require synchronized
generator.

- At T1, inject 0% Uy,
interruption of duration
2 cycles followed by a
step at 90% U;,, and of
2 cycles, then a steady
state at 94% UV on
channel 1

- At T1+10cycles + 1/3
cycle, apply the same
profile on channel 2.

-At T1+20cycles — 1/3
cycle, apply the same

implementation,
verify that the
U___ (1) sequence

rms \
contains at

one value o

least
n each

phase that has the
amplitude of the

interruption

(within the

injected

magnitude accuracy

defined in

IEC 61000-4-30).

For U, (1/

- Check, for

2),

each
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
profile on channel 3. channel, that the
) . sequence of
See Figure 1 and Figure U, (1/2) in the
2. instrument complies
to the sequence
defined in Figure 4.
- Check time tag of
Ui (172) (N+1) on
channel 1: T1 + %
cycle.
- Check that time
5 (1/2)
hannel2
cycles +
Bt time
(1/2)
hannel3
cycles +
1/2cycle.

S4.1.2 Check amplitude and P5 for swells. ® Check thaf all
duration accuracy a durations and
requirement ° P4 for Frequency amplitudeq reported

on the dipg/ swells/
interruption
measuremgnts are
complying [with
IEC 61000}4-30,
5.4.5.1 (ampplitude
Test shall be achieved accuracy
th the following requirement) and
durations: 1; 1,5; 2,5; 5.4.5.2 (ddration
10; 30 and 150 cycles. accuracy
requirement)
NOTE For U, (1) test
points 1 and 1,5 are
Q excluded
See Figure 18 and
Figure 20 for signal
injection details, see
Figure 19, and Figure
21 for expected
sequence of U (1/2).
For U, (1)
implementations the
expected sequence is
dependent on the
alignment of the U,
window ,which may not
be synchronized with
zero crossings.
S4.1.3 Check threshold P2 for swells °© This test does not Check the duration
a require synchronized accuracy complies
P4 for Frequency generaton}'l. with y
P1 for swells °° The signal change in gEESG;OOO 4-30,
P4 for Frequency ° amplitude to create T
dips/swells/interruption
P2 for Dips/Int.°® will be simultaneous in
time.
P4 for Frequency °
- P Test shall be achieved
P1 for Dips/Int. with the following
P4 for Frequency * duration: 2,5 cycles.
S4.1.4 Check influence of mains P1 for Frequency *° This test does not Check the duration

frequency.

P2 for Dips/Int.®

require a synchronized

accuracy complies
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
P3 for Frequency ° generator. with
) ) IEC 61000-4-30,
P2 for Dips/Int. " The signal change in 5.4.5.2
amplitude to create
dips/swells/interruption
will be simultaneous in
time.
Test shall be achieved
with the following
durations: 2 and 30
cycles.
S4.1.5 Check dips / interruptions / A test shall be achieved according to the requirements of 7.4.2 and
Swells In a polyphase system | 7.4.3. /
S4.1.6 Check sliding voltage 1) configuration: See Figure 22. o dip’shquld be
reference — Steady state select sliding detecte
state operation reference voltage, dip
threshold set to
90 %Usr,
hysteresis=2 % Ugqjp.
2) Inject steady state
voltage at Uy;, for at
least 5 min. Then
decrease voltage
amplitude by to 95 %
Ugin for 5 min. THe
87 % Uy, for in. G
3) Inject dip o Verify that
cycles durati instrument|is
detecting a dip at
(57,5) % U
NOTE 1 %7,5% =
<\ 50/87 x 1000 %
S4.1.7 Check sliding voltage A See Figure 23 The instrument shall
reference — Sliding r n detect an
start up co@'tion interruptiop start.
injected at the voltage
inputs.
3) After 5 min + Verify that|the
instrument boot up instrument has
time, inject voltage = detected ah end of
Ugin interruption
NOTE 2 The
PurposSe ts—to—check
that the sliding
reference voltage is
built from an initial
value of Ui, not
refreshed until the

voltage is applied.

a

Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided line “Frequency 50 Hz”. Instruments

intended to work at 60 Hz shall use the figures provided in line “Frequency 60 Hz”. Instruments intended to work
both at 50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided both in line “Frequency 50 Hz” and in line “Frequency
60 Hz".

®  Test points P1, P2, P3, P4 and P5 as described in Table 3 and in IEC 61000-4-30 table C.1.

Test point P1 must not be identified as a dip/swell, and testing points P2 must be identified as a dip/swell.

Recommended values for threshold dip is 90 % Uy;,,, for swell threshold is 110 %U,;, Hysteresis =2 %.
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Test signal: dip 60 %, 2,5 cycles

150

) A

IR

/\\/\/
TV
LVl

Figure 18 — Detail 1 of waveform for'test of dips ording to test $4.1.2
1/2 cycle RMS
120

Q\QB X % a
NN

e —
4

o
=}
o
N}
o
o
S
=}
o
>
(=}
o

é \ F S-S - {
0
0 0,02 0,04 0,06 0,08 010 0.2

IEC 2953/13

Figure 19 — Detail 2 of waveform for tests of dips according to test $4.1.2
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Test signal: swell 200 %, 2,5 cycles

A
AR
\\i
\Vl

300

T

-100 \ l

e ———
4

-200

|
VoV

0,02 0,04 0,06

Figure 20 — Detail 1 of waveform for test SWe
% eR

200 (4 © \\.\ >

180 \ \

160

IEC 2954/13

ding to test S4.1.2

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

IEC 2955/13

Figure 21 — Detail 2 of waveform for tests of swells according to test $S4.1.2
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Udin —l
95 % Ugin

87 % Udin """""""""""""""""""

50% Udin J o o o e e e

IEC 6/1

Figure 22 — Sliding reference voltag t

oo T AN
din \

\) IEC 2957/13

ing reference start up condition
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7.4.2 Check dips / interruptions in polyphase system
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S4.2.1 Check that dips and P4 for frequency for at | This test does not - IfU__(1/2)is

interruptions are properly
detected in a polyphase
system, by applying a single
test with a 3 phase non
synchronous disturbance that
contains both a dip and an
interruption

least 15 s.

Dip threshold = 90 %

Uy, hysteresis =2 %
din

Interruption threshold

=10 % Uy;,, hysteresis

=2 % Uy,

Voltage steps should

require a synchronized
generator.

— Begin the test with
all three phases set
to Uy,

At t1 (synchronized
to zero crossing on
phase 1), inject 0 %
U, on phase 1

. rms
implemented ,

check for each
channel, that the
sequence of U
(1/2) in the
instrument
complies to the
sequence defined
in Figure 26

at the

rms

k. &
crossing for each — At t1+1cycle
phase. (synchronized to

Zero crossi

(synchronized to
zero crossing on
phase 2), inject

100 % U,
phase 2

din ON

— At t4 (synchronized
to zero crossing on

e dip
is
reported
cles
timing
defined
1000-4-

— Check that the
polyphasge
interrupfion
duration|is
correctly reported
as 1,5 cycles
(within the timing
accuracy defined
in IEC 6[1000-4-
30).

— Check that the
remainir|g voltage
for the djip
measurgment is
correctly reported

as 0% W,

phase 1), inject (within the

100 % Uy, on magnitufle

phase 1 accuracy defined
See Figure 24, Figure ';OIEC 6[1000-4-
25 and Figure 26. ):

L 5
e —
Dip threshold

Dip starts

Interruption starts

Interruption threshold

>

NOTE The figure is not drawn to scale
Figure 24 — Detail 1 of waveform for test of polyphase dips/interruptions

&

|

2 t3

A 4

DINT duration

t4 | DDIP duration

IEC 2963/13
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Phase 1

AN

VY

Phase 3

-l
VAN
N

VY

A
]

] IEC| 2964/13
Figure 25 — Detail 2 of wave \N}\if pWe dips/interruptions
rms(1/2) rms(1/ rms(1/2 rm 2 rms(1/2 rms(1/2 Urm (1/2
N+1 \N(d\ N+ N+5 N+6 N+7]
(start o \/ (start of
du{)\ (\ interrupt.)
Phase 1 N > 0 0 0 0
Phase 2 70 0 0 0 0
Phase 3 100 100 70 0 0
U, (172 Us(172 | U, (172 U, (172 U, L(172
N+11 N+12 N+13 N+14 N+1[5
(end of
dip)
Phase 1 0 0 70 100 100
Phase 2 0 0 0 70 100 100 100 100
Phase 3 0 70 100 100 100 100 100 100

Figure 26 — Detail 3 of waveform for test of polyphase dips/interruptions



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

- 68 - 62586-2 © IEC:2013
7.4.3 Check swells in polyphase system
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S4.3.1. | Check that swells are P4 for frequency for at | This test does not — If Urms(1/2) is
properly detected in a least 15 s. require a synchronized implemented ,
polyphase system, by _ generator. check for each
applying a single test with a Swelol threshold = ) ) channel, that the
3 phase non synchronous 1100A’ Ugin, hysteresis | — Begin the test with sequence of
swell injection =2 % Uy ;‘2' ltjhree phases set Urms(1/2) in the
Voltage steps should din instrument
be made on zero — At t1 (synchronized complies to the
crossing for each to zero crossing on sequence defined
phase. phase 1), inject in Figure 28
130 % Uuill on at the
phase 1 e swell
— Att1+1cycle 1S
(synchroni reported
¢ cles
e timing
defined
1000-4-
— Check that the
polyphasge swell
amplitude is
correctly reported
as 130 % Udin
(within the
magnituge
accuracy defined
crossings on in IEC 6[1000-4-
phase 1 and phase 30).
3), inject 100 % U,
on both phase 1
and phase 3
— At t3 (synchronized
to zero crossing on
phase 2), inject
100 % Uy, on
phase 2
See Figure 27 and
/\ Figure 28
Swell 1
amplitud i
[} pe— 1
s |
d 1
) 1
! 1
; :
1
) ! Swell threshold
' 1
' 1
Phase 2 ) !
Phase 1 —m——robrtprvr e
Phase 3 ! g
* > | DPOLYSWL = t3-t1
) 1
Swell starts—— t1 i
)
i t3
) IEC 2965/13

Figure 27 — Detail 1 of waveform for test of polyphase swells
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Ums (172) 1 U, (172 Upms (172 Ums (172 Upms (172 Upms (172 Uims (172 Upms (172
N N-+1 N+2 N+3 N-+4 N+5 N+6 N+7
(start of
swell)
Phase 1 100 116 130 130 130 130 130 130
Phase 2 100 100 100 116 130 130 130 130
Phase 3 100 100 100 100 100 116 130 130
Upps (172 Ups (172 Upps (172 Upps (172 Upps (172 Upps (172 Upps (172 Ups (172
N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15
@d of
S eI(J—)\
Phase 1 | | 130 116 100 100 100 100/ \[M00 100]
Phase 2 130 130 130 130 130 1}N Ob\ W
Phase 3 | | 130 116 100 100 100 100 (409 100
Figure 28 — Detail 2 of waveform for test M swells
7.5 Supply voltage unbalance
7.5.1 General
This tedt is identical to the one defined fo e on the accuracy perfgarmance
requirement. The assessment of zero s nent (u0) is optional.
Use a 3| channel AC power g@r exceeds the following stability ratings under
the refefence conditions:
NOTE REference conditions fo
7.5.2 Measur asurement uncertainty and measuring range
N° Target he test Mg conditions Complementary test Test criterion (if
(\ conditions test is applicable)
S5.1.1 ur lan Connect a 3 channel --- check if ug is
AC power source and between 0% and
adjust 0,3 %
Channel 1 (L1 to N) to check if uQ is
100 % of Uy, between 0% and
0,3 %, if luated
Channel 2 (L2 to N) to A
100 % of Ugin
Ghannel3-{E3-teNjte
100 % of Uy,
S5.1.2 Check accuracy of unbalance | Connect the 3 channel | --- check if u2 is
measurement AC power source and between 4,75 % and
adjust 5,35 %
Channel 1 (L1 to N) to check if uO is
73 % of Ugin between 4,75 % and
5,35 %, if luated
Channel 2 (L2 to N) to oo [T evaluate
80 % of Udin
Channel 3 (L3 to N) to
87 % of Udin
S5.1.3 Check accuracy of unbalance | Connect the 3 channel | --- check if u2 is
measurement AC power source and between 4,65 % and
adjust 5,25 %
Channel 1 (L1 to N) to check if uO is
152 % of Ugin between 4,65 % and
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N° Target of the test Testing conditions Complementary test Test criterion (if
conditions test is applicable)
Channel 2 (L2 to N) to 5,25 %, if evaluated
140 % of Uy,
Channel 3 (L3 to N) to
128 % of Uyin
S5.1.4 | Check accuracy of unbalance | Connect a 3 channel --- Check if u2 is
measurement with phase AC power source and between 4,22 % and
displacement with a 4 wires adjust 4,82 %
tem.
system Channel 1 (L1 to N) to check if u0 is
100 % of Uy, , 0° between 2,17 % and
2,77 %, if evaluated
Channel 2 (L2 to N) to °
90 % Of Ugin, -122
Channel 3 (L3 to N) to
100 % of Uy, , +118°
7.5.3 Aggregation
It shall pe verified that the aggregated values are provided byt uipment under test. An
accuracyy test of the aggregated values is not required.
7.6 Vjoltage harmonics
7.6.1 General
The mahufacturer shall specify if the implem gation uses gapless or|gapped
10/12 cycle data intervals.
— Gapless implementatiop
- Gap
The mgnufacturer sh ementation of 10/12 cycles data uses| groups
(Ug.h)or subgro
— Subgroup implem
—  Grol
7.6.2
Each te
N° TaWe test Testing points Complementary test Test criferion (if
according to Table 3 conditions test is agplicable)
S6.1.1 If the manufacturer has A test shall he achieved anhnrding to the rnqnirnmnnfe of Annek E
implemented a gapless
measurement method:
Check that the 10/12-cycle
measurement intervals are
gapless and non-overlapping
S6.1.2 If the manufacturer has Apply reference S2 for Frequency Test the time tag,

implemented a gapped
measurement method:

Check that at least one
10/12-cycle value is
calculated every 50/60 cycles

conditions (including a
constant fundamental
component), and add
varying voltage
harmonic content as
described:

— Start at P2 for
harmonics (10 % on
the 3™ harmonic)

— Ramp the harmonic
content down by

(50/60Hz)

the sequence
number and the
voltage magnitude
of the 10/12-cycle
blocks for the 3™
harmonic.

Verify that:

— 10/12-cycle
intervals are
consistently
provided at a
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
1 %/s until it minimum rate of
reaches 0 % one per second
throughout the
— Ramp the harmonic test 9
content up by 1 %/s
until it reaches P2 — The 10/12-cycle
intervals show
— Repeat at least 10

unique values
between 0 %
and 10 % for
every ramping

Apply this test signal
for a minimum of 10
min (to ensure that

larger gaps are not :
seen during 10-min period

aggregation —\The,seguence of
calculations). 0/12*tycle

intervdls show

\; that
r
0

eatlevery
S6.1.3 If the manufacturer has Apply reference --- \ W']Z(L nc)-harm
implemented harmonic conditions, plus P1 for for'the 2"(harmonic

subgroup measurement harmonics (verify basic (2" harmgnic is

(Usg,h): subgroup measurement) present at{5 %)

Check that the 10/12-cycle Apply reference = \) TC10/12(4ync)-harm
measurements use the conditions, plus P1-fo for the 2"lharmonic
harmonic subgroup interharmonics Q (no signifigant

measurement (Usg.h) from (elimin incofrect content dgtected)
IEC 61000-4-7 use'ef Ug,
--- TC10/12(ync)-harm

condjfions, plus 'S4 for for the 2"lharmonic
interharmonic (2™ harmgnic is
eliminate ec present at{4 %)

S6.1.4 If the manufactur
implemented har

--- TC10/12(Yync)-harm
for the 2"°[harmonic
(2" harmgnic is
present at{5 %)

measurement ( : i

Checktha

measurements yse.h i AWrence --- TC10/12(Ync)-harm
0

group measu ions, plus S4 for for the 2"°|harmonic
from IEC 64000Q-4<7. interharmonics (2" harmgnic is
tminate incorrect present at
use of Ug or Usg,h) approximdtely
7,2 %)
N\
S6.1.5 surements --- --- Verify thaf at least
up toothe 40 harmornics are

provided Ry the
device

S6.1.6 If fotal harmonistortion is Apply reference --- TC150/180(unc)-thd
calculated, and if the conditions plus P5 for (significant
manufacturer has harmonics distortion detected)
implemented harmonic
subgroup measurement Apply _reference --- TC15_0/1_8_0(unc)-thd
(Usg,h): conditions plus P5 for (no significant

interharmonics distortion detected)
Check that it is the subgroup
total harmonic distortion
(THDS) from IEC 61000-4-7

S$6.1.7 | Check that a crest factor of Apply reference --- TC150/180(unc)-
at least 2 is supported by the | conditions plus S1 for harm for all 40
device harmonics (crest factor harmonics

of 2)

S6.1.8 Check that a properly @ Apply reference --- TC150/180(unc)-
designed anti-aliasing filter is | conditions plus 10 % harm for all 40
used on the device, providing | of Uy, at 75,0 x the harmonics (no
(in combination with fundamental frequency aliasing detected)

oversampling) attenuation of

all frequencies above the 40™ | Apply reference --- TC150/180(unc)-
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N°

Target of the test

Testing points
according to Table 3

Complementary test
conditions

Test criterion (if
test is applicable)

harmonic exceeding 50 dB P

conditions plus 10 %
of Ugin at 150,0 x the
fundamental frequency

harm for all 40
harmonics (no
aliasing detected)

Apply reference
conditions plus 10 %
of Ui at 501,0 x the
fundamental frequency

TC150/180(unc)-
harm for all 40
harmonics (no
aliasing detected)

2 Only three mandatory anti-aliasing test points are defined here to simplify the minimum testing requirement.
However, depending on the sampling rate and filter characteristics of the device under test, other spectral
content may be required to properly evaluate the operation of an anti-aliasing filter. The test lab applying this
procedure may additionally choose to apply a set of broad spectrum signals as a more exhaustive test of the

anti-a iaeing filter, ||<ing anetwork nnnlyw:r orother similar equipment
b This t¢st only applies if the manufacturer has chosen to implement the optional anti-/atésing %\
7.6.3 Measurement method, measurement uncertainty and measuring‘ran
7.6.3.1 Measurement uncertainty and measuring range
Each test shall last at least 10 s.
N° Target of the test Testing points omp th Test critlerion (if
according to TaAg condition test is applicable)
A}
S6.2.1 Check measuring uncertainty | Refepénce conditions £ O TC150/18Q(unc)-
— single even harmonic plus P1 harmonids harm for applicable
harmonics
S6.2.2 ||Check measuring uncertainty | Reference conditio TC150/18Q(unc)-
— single odd harmonic plus P2 fo armosic harm for applicable
harmonics
S6.2.3 ||Check measuring un rtaw --- TC150/18Q(unc)-
— single high harmoni harm for applicable
nk (\ harmonics
S6.2.4 ||Check mea bring range — Reference cogditions --- TC150/18Q(unc)-
minimum onic lus 4 f rmonics harm for applicable
magnltudes harmonics
S6.2.5 ||Check mea range — Mce conditions --- TC150/18Q(unc)-
maximum Karmon pIu P5 for harmonics harm for applicable
magnit harmonics
The 150/1 Ie vaI S are Iected for these tests for ease of data extraction, as it will be necessary tp extract
measureme dat har onics, and this is easier to do in a 3 s window than a shorter one.
7.6.3.2 Variati due to single influence quantities
Each testshatttastatteast10s:
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 4
S6.3.1 Check influence of frequency | Reference conditions S1 for frequency TC150/180(unc)-
on measurement uncertainty plus P1 for harmonics (lowest frequency) harm for all 40
(lowest harmonic harmonics
order)
Reference conditions S4 for frequency TC150/180(unc)-
plus P3 for harmonics (highest frequency) harm for all 40
(highest harmonic harmonics
order)
S$6.3.2 | Check influence of voltage Reference conditions S1 for voltage TC150/180(unc)-
magnitude on measurement plus P2 for harmonics magnitude (lowest harm for all 40
uncertainty voltage) harmonics
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N°

Target of the test Testing points

according to Table 3

Complementary test
conditions according
to Table 4

Test criterion (if
test is applicable)

Reference conditions
plus P2 for harmonics

S3 for voltage
magnitude (highest
voltage)

TC150/180(unc)-
harm for all 40
harmonics

The 150/180-cycle values are selected for these tests for ease of data extraction, as it will be necessary to extract
measurement data for all 40 harmonics, and this is easier to do in a 3 s window than a shorter one.

7.6.4 Measurement evaluation
Not applicable.
7.6.5 Measurement aggregation
7.6.5.1 10/12 cycles with 10 min synchronization
Each tepst shall last at least 11 min, and shall contain at least two \consegsutiv 10 min
ticks.
N° Target of the test Testing points Comple taky)test Test cri’ﬂerion (if
according to Table 3 nditigns test is applicable)
S6.4.1 Check aggregation overlap 1 Reference conditions Test the tilne tag,

plus P2 for harmonic

and the sejguence
number of [blocks for
the 3" harmonic.

Resynchrgnization
with the 1Q min tick
is permitted but not
required.

10 min tick should occur in the

NOTE 59,99 Hz = (2999,5 NO)

ti

e interval number 3000.

150/@

7.6.5.2

ith 10 min synchronization

Each tept shall last ea nd shall contain at least two consecutive RTC| 10 min
ticks. /\
N° rget Ne st Testing points Complementary test Test criterion (if
\ according to Table 3 conditions test is applicable)
S$6.5.1 Aotacturerhas Maintain reference f = 50,125 Hz (covering | TC150/18Q(unc)-

Check gapless 150/180-cycle

conditions (including a
constant fundamental

component), and add

varying harmonic

50 Hz) or 60,15 Hz
(covering 60 Hz)
depending on
manufacturer selection

harm for tHe 3™
harmonic, with
correct aggregation
of all of thé gapless

aggregation

content as described:

— Start at P2 for
harmonics

— Ramp the harmonic
content down by
1 %/s until it
reaches 0 %

— Ramp the harmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2

— Repeat

10/12-cycle values.

Resynchronization
with the 10 min tick
is permitted but not
required.

S6.5.2 If the manufacturer has
implemented a gapped

measurement method:

Check that a minimum of

Maintain reference
conditions (including a
constant fundamental
component), and add
varying harmonic

f = 50,125 Hz (covering
50 Hz) or 60,15 Hz
(covering 60 Hz)
depending on
manufacturer selection.

TC150/180(unc)-
harm for the 3™
harmonic, with
correct aggregation
of all of the reported
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
three 10/12-cycle values is content as described: 10/12-cycle values
used in each 150/180-cycle (it is already proven
interval - Start at P2 for in Test 6.1.2 that at
harmonics least three values
— Ramp the harmonic are reported every
content down by 150/180-cycle
1 %/s until it interval).
reaches 0 % Resynchronization
— Ramp the harmonic with the 10 min tick
content up by 1 %/s is permitted but not
until it reaches P2 required.
annnf
10 min tigk should occur in the middle of the 150/180 cycle time interval number 201.
NOTE 59,125 Hz = (200,5/600) x 150; 60,15 Hz = (200,5 / 600) x 180 (\ x
7.6.5.3 10 min aggregation
Each tept shall last at least 11 min, and shall contajr at stitwe’ consecutive RTC| 10 min
ticks. Q
I\
N° Target of the test o@men ry test Test criterion (if
ndtlitions test is applicable)
S6.6.1 Check 10 min aggregation fWr 59,99 Hz TC10-min(unc)-
Test duration = 11 min harm for the 3™
harmonic, jwith
correct aggregation
of the 10/12-cycle
values baded on the
block sequence
numbers
j;imp the harmonic
content up by 1 %/s
until it reaches P2
\ - Repeat
NOTE 10 min 'C&Oul Mn the middle of the 10/12 cycle time interval number 3000.
NOTE 59,99 Hz)= (2 / 600) x 12; 49,99 Hz = (2999,5 / 600) x 10
7.6.5.4 2 h aggregation
N° Target of the test Testing points Complementary Test criterion (if test
according to Table 3 test conditions is applicable)
S6.7.1 Check 2-hour aggregation It shall be checked that the 2 h aggregated value is provided by the
equipment under test.

7.7 Voltage inter-harmonics

If the manufacturer implements interharmonics, then he shall specify the method and the
accuracy performance. The test will verify the availability of the data and its accuracy
according to the manufacturer specification.
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Mains Signalling Voltages on the supply voltage

General

If the manufacturer implements mains signalling voltage, then he shall specify the method and
the accuracy performance. The test will verify the availability of the data and its accuracy
according to the manufacturer specification.

7.8.2 Measurement method
N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S8.1.1 Verify that the user can --- --- Product allows the
specify the carrier frequency figure
to monitor, according to the carrier
manufacturer specification. equUencies
i o the
per
ion.
7.8.3 Measurement uncertainty and measuring rang
7.8.3.1 Uncertainty under reference conditions
Not applicable.
7.8.3.2 Measurement evaluation
Not applicable.
7.8.4 Aggregation
Not applicable.
79 M

Not requiired for cl

710 F

The ted
paramet

easure

plicable

N° Target of ’h}e test Testing points Test criterion (if test is applicable)
S10.1.1 Flagging in polyphase system | Dip: 70 % of Ugi,, 1 Each of the parameters listed below i$ flagged
cauSed by voltage dip channel. L2. Duration: | within each of the corresponding measurement
) 100 ms intervals that contain the dip/swell/interruption
For Pt flicker (as illustrated in Figure 18):
—  Flicker (2-h PIt)
$10.1.2 Flagging in polyphase system | Dip: 70 % of Ugi,, 1 Each of the parameters listed below is flagged
caused by voltage dip @ channel, L2, Duration: | within each of the corresponding measurement
100 ms intervals that contain the dip/swell/interruption
(as illustrated in Figure 18):
— Power frequency (10-s)
— Voltage magnitude (10/12-cycle, 150/180-
cycle, 10-min)
—  Flicker (10-min Pst)
— Supply voltage unbalance (10/12-cycle,
150/180-cycle, 10-min)
. — Voltage harmonics (10/12-cycle, 150/180-
S10.1.3 Flagging in polyphase system | Swell: 120 % of Ugin,
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N° Target of the test Testing points Test criterion (if test is applicable)

caused by voltage swell 2 2 channels, L1+L3, cycle, 10-min)

Duration: 100 ms — Voltage interharmonics (10/12-cycle,

S10.1.4 Flagging in polyphase system | Interruption: 0 % of 150/180-cycle, 10-min)
caused by voltage Ugin, 3 channels, _ . . . )
interruption 2 L1+L2+L3, Duration: Mains signalling (10/12-cycle)
100 ms - Underdeviation and overdeviation (10/12-

cycle, 150/180-cycle, 10-min)”

The 100ms dip / swell / interruption must begin and end within the same 10/12-cycle interval, and within the same 10-
second interval for frequency.

The test should last 6 h, because three 2-h aggregations should be evaluated.
2 For instfuments using the polyphase approach according to IEC 62586-1, the flag is /appl
phases. [For instruments using the channel by channel approach according to IEC 6258611, the fl

to the phase(s) containing the dip / swell / interruption event.
NOTE Seel explanation in Figure 29 below. <\ x

measured
plied only

10-min fck
v
(]
0
P — Dip/swell/interrupti :
Qfinennt1/2 cycle rmsyaaiens 6 3;;y;;;;;1/2cyclerms“§::
b IR RAATARANARARINRIN
fHnnnnnm IRIRENR AR AR
l i
: 112 13.24 69..180 1.12 13.24
0 | 110 11..20 141..150 1..10 11.20 &
(] H
(] H
' :

|10/12 cycles|10/12 cycles|10/12 cycles

1412 cycles | 1012 cyctes [ 1012 c}y

E 1 \z\/ \A o 15 1 2
: \ 4 /;V 4 \ 4 4 \ 4

1500/8@{yél§s })\QE\\\ \ 150/180 cycle time interval [(n+1)
AN A

T

8 Yoltage qupply voltage unbalance, Voltage harmonics, Voltage interharmonics,
¥ Underdeviation and overdeviation, Flicker Pst

{ Corinerva
- X

Flicker PlIt

RTC
10-s tick

10-s interval (z)

Frequency

Legend Flagged data IEC  2966/13

Figure 29 — Flagging test for class S
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7.11 Clock uncertainty testing

The test requirements are identical to those defined for ‘Class A’, except for the maximum
drift allowed.

N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according to Table 3 conditions test is applicable)
S11.1.1 Check clock uncertainty 1) Verify that instrument is operating with clock synchronization (check

device status).

2) Inject a fixed duration interruption with a synchronized signal
generator and note the start time of interruption T1start.

3) Verify the instrument has detected an interruption and note the
measured start time (rﬂnding) Tistart mes. Check the acc iracy of

T1 start_mes shall be T1start + 1 cycle.

4) Disconnect or disable the synchronization and(le ingtrument
measuring for at least 24 h.

NOTE 1 During that time, the device.i
requiring synchronization.

pr test not
5) Inject a fixed duration intefrupti it 3 i ignal

6) Verify the instrum € erruption and not¢
measured start ti

7) Verify the clg€k\unc inty
dulus tartxT2st rt_) < (T2start-T1start)*5/(3600724)

See Riguren30:

—

he

NOTE 2 The injected interruption 2) and 5) will h n arbitra
NOTE 3 T{start_mes and T23tart7[{es have a resolution of(:

P \(\ \JV
S
SO\
=

) ,

f T
I I
| )

Generator Interrupt
T2start

v

Instrument reading

T1start Instrument reading
v start_mes

T2start_mes

IEC 2967/13

Figure 30 — Clock uncertainty testing

7.12 Variations due to external influence quantities

7.12.1 General

The test requirements are identical to those defined for ‘Class A’.
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The variations shall only be checked for frequency measurement and for voltage
measurement.

7.12.2 Frequency measurement

Each test shall last at least 1 min.

7.12.3 Influence of temperature

Each test shall last at least 1 min.

N° Target of Testing points Complementary Test criterion (if test is applicable)
the-test accordingTFable3—test-conditions
according to
Table 6

S12.1.1 | Gheck P1 for Frequency @ ET1 Measureme further
influence of calculation. [pement
low complie 2 of IEC
temperatur 62586-

G P2 for Frequency @ ET1 further

rement
2 of IEC
P3 for Frequency @ ET1 further
rement
2 of IEC

P1 for Voltage EH Check each 10/12 cycles measurenjent

magnitude complies with the limits.

P3 for Voltage ET heck each 10/12 cycles measurenjent

magnitud/e/\ complies with the limits.

P5 for V age\( 1 N Check each 10/12 cycles measurenjent

magrﬁ@de ~ complies with the limits.

Clock uncertaj N ET1 Less than 333 ms.

heck, drift on h

duratién)

S12.1.2 | Gheck P4 for Rrequency /E>T2 Measurement value will be used for|further
influence of calculation. Check each 10 s measyrement

orst case complies with the limits (e.g. Figure|2 of IEC

tempera 62586-1).

6 \R&)r rec}uin}?a ET2 Measurement value will be used for|further
calculation. Check each 10 s measyrement
complies with the limits (e.g. Figure|2 of IEC
62586-1).

P3 fgr Frequency 2@ ET2 Measurement value will be used for[further
calculation. Check each 10 s measyrement
complies with the limits (e.g. Figure|2 of IEC
62586-1).

P1 for Voltage ET2 Check each 10/12 cycles measurement

magnitude complies with the limits.

P3 for Voltage ET2 Check each 10/12 cycles measurement

magnitude complies with the limits.

P5 for Voltage ET2 Check each 10/12 cycles measurement

magnitude complies with the limits.

Clock uncertainty ET2 Less than 333 ms.

(check drift on a 8 h

duration)

S12.1.3 | Check P1 for Frequency @ ET3 Measurement value will be used for further
influence of calculation. Check each 10 s measurement
high complies with the limits (e.g. Figure 2 of IEC
temperatur 62586-1).
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N° Target of Testing points Complementary Test criterion (if test is applicable)
the test according Table 3 test conditions
according to
Table 6
€ P2 for Frequency @ ET3 Measurement value will be used for further
calculation. Check each 10 s measurement
complies with the limits (e.g. Figure 2 of IEC
62586-1).

P3 for Frequency 2@ ET3 Measurement value will be used for further
calculation. Check each 10 s measurement
complies with the limits (e.g. Figure 2 of IEC
62586-1).

P1 for Voltage ET3 Check each 10/12 cycles measurement

magnitude complies with the limits—.

P3 for Voltage ET3 Check each 10/12 cycles measurenjent

magnitude complies with the limits

P5 for Voltage ET3 Check e c sm su\eyr ent

magnitude compli€s W|t

Clock uncertainty ET3 Less than 33 ms

(check drift on a 8 h

duration)

2 Instrumgnts intended to work at 50 Hz shall use the figures proyided-line cy 5 Hz”. Instrumentg intended
to work at 60 Hz shall use the figures provided in line “Frequency 60 Hz". ume tended to work Hoth at
50 Hz apd 60 Hz shall use the figures provided both in Iinqa”lf\(e 5)0\Hz” d in line “Frequency 60|Hz".

7.12.4 | Influence of power supply voltag
N° Target of Testing points ompleme ta Test criterion (if test is applicable)
the test according Table 3 test dltlo s
acco to
AN AN e 'S
S12.2.1 | Gheck P1 for Fre en&k Measurement value will be used for fyrther
influence of calculation. Check each 10 s measurgment
Iow power complies with the limits.
|
\S,l;ﬁggye \}for requ EMA Measurement value will be used for fyrther
calculation. Check each 10 s measurgment
complies with the limits.

P fo Fre \\//%W Measurement value will be used for fyrther
calculation. Check each 10 s measurgment
complies with the limits.

INor Itagx‘/ EV1 Measurement value will be used for fyrther

|tu calculation. Check each 10/12 cycles
measurement complies with the limits

r VoItage EV1 Measurement value will be used for fyrther

itude calculation. Check each 10/12 cycles
measurement complies with the limits

P5 for voltage EVT Measurement value will be used for further

magnitude calculation. Check each 10/12 cycles
measurement complies with the limits.

S$12.2.2 | Check P1 for Frequency 2 EV2 Measurement value will be used for further

influence of calculation. Check each 10 s measurement
high power complies with the limits.
|
supp’y P2 for Frequency @ EV2 Measurement value will be used for further
voltage ;
calculation. Check each 10 s measurement
complies with the limits.

P3 for Frequency @ EV2 Measurement value will be used for further
calculation. Check each 10 s measurement
complies with the limits.

P1 for Voltage EV2 Measurement value will be used for further

magnitude calculation. Check each 10/12 cycles
measurement complies with the limits.
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measurement complies with the limits

P3 for Voltage EV2 Measurement value will be used for further

magnitude calculation. Check each 10/12 cycles
measurement complies with the limits.

P5 for Voltage EV2 Measurement value will be used for further

magnitude calculation. Check each 10/12 cycles

a

Instruments intended to work at 50 Hz shall use the figures provided line “Frequency 50 Hz”. Instruments intended
to work at 60 Hz shall use the figures provided in line “Frequency 60 Hz”". Instruments intended to work both at
50 Hz and 60 Hz shall use the figures provided both in line “Frequency 50 Hz” and in line “Frequency 60 Hz".

8 Cal

Measur

culation of measurement uncertainty and operating uncertainty

ment uncertainty and operating uncertainty are defined in Annex A

Measur
and ops€g
results

— intripsic uncertainty

— varia

Measurg
calculat

DN

tions due to influence quantities

ement and Operating uncertainty for voltg ynifife for freque

5

Lrement
inty test

ncy, as
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Table 9 — Uncertainty requirements

For devices complying with class A as For devices complying with class S as
. defined in IEC 61000-4-30 defined in IEC 61000-4-30
Requirement
according to Maximum operating | Maximum operating | Maximum operating Maximum
calculation defined uncertainty for uncertainty for uncertainty for operating
in Annex B magnitude of frequency at 50Hz magnitude of uncertainty for
supply voltage and 60 Hz supply voltage frequency at 50Hz
and 60 Hz
Calculation 1 +0,1 % of Uy, 2 + 10 mHz ® +0,5 % of Uy, ° + 50 mHz ¢
Calculation 2! + 0,2 % of Uy, e + 20 mHz f £1,0 % of Uy, 9 + 100 mHz "
(within temperature
range 0 °E-to—+45°€5 7
Calculatign 3 +0,3 % of Uy, ® +30 mHz f +1,5 % of Uy, + 150/mHZ "
(outside ( °C to
+45°C andl within
rated range of
operation /\
2 For this calculation, intrinsic uncertainty will be defined as the calculated ih 6.2.2.1,
variatjons will be defined as the worst uncertainties calculated in e ied in 6.2.2.1
b For this calculation, intrinsic uncertainty will be Iculated ip 6.1.3.1,

variatjons will be defined as the worst uncertainties

¢ For this calculation, intrinsic uncertainty will be inty calculated ip 7.2.2.1,
variatjons will be defined as the worst uncertainties ecified in 7.2.2.2.
4 For this calculation, intrinsic uncertainty /Will rst upcertainty calculated ih 7.1.3.1,

variatjons will be defined as the worst unc

€ For this calculation, intrinsic uncertainty
variatjons will be defined as the worst uncertai
and 6]12.3

f For this calculation, intrinsi
variatjons will be defined as
and 6]12.3

9  For this calculation,
variatijons will be defined as\t

and 7]12.4
h For this calcula i

variatjons will be defined™as
and 7]12.4

" For prpducts complyin

I For prpducts/complying
to PQ[-x-FI2\or -PI.

e worst uncertainty calculated iph 6.1.3.1,
culated in each of the tests specified in 6.1.3.2, 6.12.2

ed as the worst uncertainty calculated ip
calculated in each of the tests specified in 7.2.2.2,

defined as the worst uncertainty calculated ip 7.1.3.1,
calculated in each of the tests specified in 7.1.3.2, 7.12.3

C 62586-1, this test is applicable to PQI-x-FI1, -FO and -PO but is not ppplicable

R
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Annex A
(normative)

Intrinsic uncertainty, operating uncertainty,
and overall system uncertainty

A.1  General

Figure A.1 below gives the different kind of uncertainties.

Operating uncertainty
of external sensors +
impedance of wires

Variations due to external

influence quantities
(temperature, ...)
\ Vdverall system uncertainty
D (See IEC 61557-12)
A" : :
Operating uncertainty
(See IEV and IEC 60359)

Measurement uncertainty
(See IEC 61000-4-30)

electrical pa

mopic

Intrinsic uncertainty
(See IEV and IEC 60359)

IEC 2968/13

s
gut =

A.2 Measurement uncertainty
This is the uncertainty as defined in IEC 61000-4-30.

Measurement uncertainty shall include intrinsic uncertainty under reference conditions and
the maximum variation value due to relevant single influence quantities.

A.3 Operating uncertainty

Operating uncertainty shall include intrinsic uncertainty under reference conditions, the
maximum variation value due to relevant single influence quantities and the maximum
variation value due to relevant external influence quantities.
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Operating uncertainty = |Intrinsic uncertainty| +1,15 x

N M
\/Z (variation due to single influence quantity)2 + Z (variation due to external influence quantity)2
i=1 i=1

where
N is the number of relevant single influence quantities and

M is the number of relevant external influence quantities.

A.4 Overall system uncertainty

Overall |system uncertainty shall include operating uncertainty, uncertainty due:toximpedance
of wires|and uncertainty due to sensors.

The formula given below is a simplified approach:

eM wirings uncertairty)2

Ovetall system uncertainty =1,15 x \/(PQI operating uncertat

<] foru

rrent).

where

N is the number of kind of

NOTE M= 1 when only a curre
are used.

= 2 when a current sensor and a voltage sensor
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Annex B
(normative)

Calculation of measurement and operating uncertainty
for voltage magnitude and power frequency

B.1 Selection of test points to verify operating uncertainty and uncertainty
under reference conditions

For ead i der egt points
having r single

influenc rding to
this Ann

To verify compliance to this standard, it is sufficient that e erna and/or
facilitieq (third-party test labs) have verified the manufac and the
associated calculations for uncertainty.

Aggregations shall be tested separately.

NOTE In

B2 (¢

B.2.1 General

The following clauses specified i ude of supply voltage and for fregquency

are baged on Table
uncertainties.

of calculation are necessary to| assess

B.2.2 2 y Voltage, Uy;, = 230 V, 50/60Hz, rated rapge of
B.2.2.1 : ati etermine the measurement uncertainty according to
Test voltage lew 3, and P5 according to Table 3 of this standard under rgference

conditio

o Selgct¢the’ highest
of Ula)

o

intrinsic uncertainty, e.g. measured at test point P5 = 0,092 V|(0,04 %

o Use P3 for further determination of influences caused by frequency and Harmonics

o Test influence of frequency on Uy;, at test points S1, S3, and S4 according to Table 4 of
this standard and select the highest variation e.g. measured at test point S4 = 0,069 V
(0,03 % of Uy;,)

o Test influence of Harmonics on Uy, at test point S1 according to Table 4 of this standard
and use the variation for calculation = 0,046 V (0,02 % of U;,)

Measurement uncertainty = 0,092 + 1,15+/0,0692 + 0,0462 [V]

0,187 [V] (0,08 % of Uy;,, meaning that measurement
uncertainty is within 0,1 % of U;,)
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B.2.2.2 Calculation 2 to determine the operating uncertainty within temperature

range 0...+ 45°C, taking in account a possible influence caused by the Power
supply
Select the highest intrinsic uncertainty e.g. measured at test point P5 = 0,092 V (0,04 % of
Udin)
Test influence of temperature at test point ET2 according to Table 6 of this standard and
use the variation caused by ET2 for further calculation = 0,23 V( 0,1 % of Uy;,)

Test influence of Power supply at test points EV1 and EV2 according to Table 7 of this
standard: result no variation

[ 2

o A oo VWS PN 2
vperatng uncertalrty = U,Ug2Z + 1,10 +4U,U0Y

T0,046=0;

= 0,372 [V] (0,16 % of Uy, n

ﬁrement
uncertainty is with

B.2.2.3 Calculation 3 to determine the operating uncertain ide ature

range of 0....+ 45°C, taking in account a possi i BINC the
Power supply

e Selgct the highest intrinsic uncertainty e.g. mea 04 % of
Udin
o Test of this
stan din)
o Take¢ the values for the influence S /2 from
Calg
Lrement
B.2.3 to
B.2.3.1

Test fregquengy levels P1, P2, P3 and P4 according to Table 3 of this standargd under

referenge conditions.

Select the greatest intrinsic uncertainty e.g. measured at test point P4 = 4 mHz

Use P2 for further determination of influences caused by voltage magnitude and
Harmonics

Test influence of voltage magnitude at test point S1 according to Table 4 of this standard
is 3 mHz

Test influence of Harmonics at test point S1 according to Table 4 of this standard is 2 mHz
Measurement uncertainty =4 + 1,15v32 + 32 [mHZ]

= 8,146 (< + 10) [mHz]
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B.2.3.2 Calculation 2 to determine the operating uncertainty within temperature
range 0...+ 45°C, taking in account a possible influence caused by the Power

supply
e Select the greatest intrinsic uncertainty e.g. measured at test point P4 = 4 mHz

o Test influence of temperature at test point ET2 according to Table 6 of this standard and
use the variation of ET2 for further calculation = 5mHz

e Test influence of Power supply at test points EV1 and EV2 according to Table 7 of this
standard: result no variation

Operating uncertainty =4 + 1,15v32 + 22 1+ 52 [mHZz]

= 11,09 (< % 20)

[mHz]

B.2.3.3 Calculation 3 to determine the operating uncertaj

o Sel€dct the greatest intrinsic uncertainty e.g. measured

o Testl influence of temperature at test points ET1 and E in of this
standard and use the greatest variation for fu i

/2 from
Calqulation 2

Operating uncertainty
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Annex C
(informative)

Further test on dips (amplitude and phase angles changes)

C.1 Phase-to-phase or phase-to-neutral testing

Phase-to-neutral testing (see Figure C.1) and phase-to-neutral testing (see Figure C.2) on
three-phase systems:

70 %
70 %

IEC 274/04

NOTE P

ormed on@ﬂase at a time.

g.on three-phase systems

£ _70%
(B)

IEC 275/04

NOTE P e-phase phase systems is also performed one phase at a time. Both (A) and
(B) show i

FigUke €.2 ~ Phase-to-phase testing on three-phase systems

C.2 Test method

Objective:

To ensure the correct measurement of parameters by the instrument during fault conditions
that may typically occur at installation sites e.g. radial feeders, where measurement devices
may be exposed to multiple reclosures.

Successful outcomes:

— Instrument measures parameters in accordance with IEC 61000-4-30
— Number of events are correctly identified/counted
— Instrument maintains functionality throughout the test.

The tests shall be performed according to Table C.1:
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Table C.1 — Tests pattern
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Time Red Phase White Phase Blue Phase Dip Events Interruption
(s) (%) (%) (%) Events
0 100 100 100
1 100 100 100
2 100 100 100
3 100 100 100
4 100 100 0 Start Dip 1
5 100 100 0 Dip 1
® 00 100 0 Dip—t
7 0 100 0 Dip 1 /\ .
8 0 100 0 pip A\ \
9 0 100 0 /Qp\\ \
10 100 100 100 ‘End Dip¢ D
11 100 0 100 < tér\t %{‘
12 100 0 100 ] Dip.2
13 100 0 (100 Dip2_ )
14 0 0 (\\wo ///N big2
15 0 Lo LY (1ol poip 2
16 0 o 100 ./ bip2
17 100 100 00 End Dip 2
18 100 Yoo \ o | startpip3
19 160\ \1@3\ \\/o Dip 3
20 [\QO (100 /o Dip 3
21 \ 0 X \1‘00\ > 0 Dip 3
22 N/ Q \ 1\oq 0 Dip 3
23 & \@\ \/\\L% 0 Dip 3
24 00 100 100 End Dip 3
29/ \10\0\ \ 0 100 Start Dip 4
AR 1\0 0 100 Dip 4
7\ \ 10/& 0 100 Dip 4
28 NE 0 100 Dip 4
29 0 0 100 Dip 4
39 0 o 166 Bip#
31 100 100 100 End Dip 4
32 100 100 0 Start Dip 5
33 100 0 0 Dip 5
34 100 0 0 Dip 5
35 0 0 0 Dip 5 Start Int 1
36 0 0 0 Dip 5 Int 1
37 0 0 0 Dip 5 Int 1
38 100 0 100 Dip 5 End Int 1
39 100 100 100 End Dip 5
40 100 100 100
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D.1

a)

b)

Annex D
(informative)

Further tests on dips (polyphase): test procedure

General

Prerequisites:

The equipment under test should be properly calibrated (amplitude accuracy) and its

clo
The
dip
pro

The
(dig

in grimary voltage units (for example V or kV).

Tegt protocol:

Thg ‘DSI’ test will be used for €

and for each of the mains frequenci

General:

Injgction 3 phase wa

at U, Pre-fault and post- be ‘pure’ (nominally single-frequen
wayes f(t) = Uy, s um distortion of 2 %.

¢ wWill be ch occurs at a reference time tggp programme

K shall be properly synchronized.

ocol.

‘DSI’ test requires to verify the time tags, durati
s or interruptions) and/or amplitude (for swells

ction test equ

ero crossing (trgp) and will terminate at zero ¢
e 3 phases. Therefore tggg p, for phase 2, will be del

5 to the
330 test

r depth
f Ugipn, OF

acturer,

im 30 s
Cy) sine

d in the

rossing,
ayed by
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The injected fault duration will last an integer number of cycles (example Figure D.1). The

duration will be according to the tests RMS injections described below.

tIINJ t)x + ¢l /: IEC 2969/13

Figure D.1 — Example foron pha

D.2 PFhase voltage dip

Dip/intefruption accurag

a typical N cycle injection

®ne test forea
— Threshol e maining voltage tested and hysteresis is 2 9 .
- 3 , injection reference at t,, according to Figure D.2
b
Threshold + hysteresis
RNttt i) Hinta et Threshold
DDIP = 6 cycles
t3
IEC 2970/13
What parameter to check Name Expected result
Time tag for beginning of dip t1 t1 (absolute UTC time tag).+ 1cycle
(see latest issue of time tagging the U, ,, window)

Time tag for end of dip: t3 t1+ 7 cycles (absolute UTC time tag).
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Dip duration

DDIP

t3-t1 = 6 cycles

Remaining

voltage

REMV

within accuracy defined in IEC 61000-4-30

NOTE The number of cycles (4 , 6) are arbitrary values

Figure D.2 — Dip/interruption accuracy (amplitude and timing) test

D.3 Phase swells

Swell accuracy (amplitude and timing) test:

— Thresholds will be below the remaining voltage tested and hysteresis is

A
(v

phase synchronous waveforms, injection reference at t),
Relow:

B
6

Expectgd result@

IEC

iqure D.3

steresis

2971/13

Wh

at paramet{w\\ \w}/\

to check

Expected result

Time tag for beginning of t1
swell: t1

t,y, (@bsolute UTC time tag).+ 1cycle
(see latest issue of time tagging the U, 4, window)

Time tag é e\ﬁ\éf\sv@\t\s 3

t,yy* 7 cycles (absolute UTC time tag).

Swell duratim

DSWL

t3-t1 = 6 cycles

Swell am

litude

> AMPL

within accuracy defined in IEC 61000-4-30

NOTE The number of cycles (4 , 6) are arbitrary values.

Figure D.3 — Swell accuracy (amplitude and timing) test
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Annex E
(normative)

Gapless measurements of voltage amplitude and harmonics test

E.1 Purpose of the test

The purpose of this test is to check the exact duration of the 10/12 cycles basic time window
and also the gapless and non-overlapping implementation of the measurements.

E.2 Testsetup

The tesf shall not be done over a 10 min boundary or it would
condition due to the aggregation algorithm.

overlap

The tegt shall be conducted with an Uy, value giving € tio. The
manufag¢turer shall indicate what is the optimal Uy;, value s tes

The EUT shall provide every 10/12 cycles RMS~ drharmonics value with timestamp
with a hjstory depth of at least 100 valyes. G

NOTE 1 rt, or any
other meg

NOTE 2 |For class S device, onl ired; beca ved to be
with gap.

NOTE 3 |The test can be riin separate c b produce
10/12 cyc]es value at the sa i i 3

E.3 Voltage@' !

E.3.1

The foll e applied to the EUT:

g(t) = V1ﬁcos(2ﬂf1 t+¢)1)- (1+Am cos(2mf,t + (/)m))

SRM

The follpwing requirements apply to the test signal:

Value Accuracy
Fundamental frequency (f,) 50 Hz or 60 Hz 50 x 1078
Amplitude of fundamental component (V) Ugin 0,5 %
Modulating frequency (f ) 2,3 Hz 100 x 107
Modulating amplitude (A_) 0,1 1%
Phases (¢, , ¢,) N.R. N.R.

E.3.2 Result evaluation

The 10/12 cycles RMS values build a sequence U,,(0)...U,s(99). From this sequence, the
following quantities shall be computed:
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j2Nk

(k)e 100
SOJ—Z rus (ke

,N=45,46,47

NOTE Double bar means complex modulus

A(46)?

Qrms = \/
A(45)? + A(47)?

The following requirements shall be met:

- Qs> 20
- 4,5% <A(46)/V4 <55 %
— tjmestamp(U(99)) — timestamp(U(0)) =20 s + 6 ms

E.4 Harmonics

E.41 Test signal

The follpwing test signal shall be applied to the

Su(t)= Vyv/2 cos(2Trfy t + gy )+ (1 Anco o)) Vipd2cos(2TINF t + gy )

The follpwing requirements apply to th teWal:

VAN
\\[ \\/ Value Accuracy

N
Fundamental frequ \ -56 Hz or 60 Hz 50 x 107

Amplitude 6f fupdamental component(V,) | Uy, 0.5 %
ModulatingMyﬂa\\M > 2,3Hz 100 x 10

I\

Modulating(z{ﬁ}dee ) \> 0,3 1%

Harmoyic\nbwbéf\(h\)\ Any value N.R.

Amplitude o m\f{lc\aqp/&\ent (Vy) 0.1 x Uy, 1%
@M N.R. N.R.

E.4.2 ResuNation

The 10/12 cycles harmonic values for harmonic number N build a sequence H(0)...H(99).
From this sequence, the following quantities shall be computed:

2Nk
B(N)= ZH(k)e 100 | N=45,46,47

NOTE Double bar means complex modulus

B(46)?

e \/ B(45)* +B(47)?

The following requirements shall be met:
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- QH > 20
— 13,5 % < B(46)/ V< 16,5 %
— timestamp(H(100)) — timestamp(H(0)) = 20 s + 6 ms

NOTE See Annex F for explanation about the method.
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Annex F
(informative)

Gapless measurements of voltage amplitude and harmonics

Identification of incorrect implementation of the gapless and non-overlapping measurements
of 10/12 cycles RMS values and harmonics is a difficult task when trying to detect small gaps
or overlap, or filtering effects (for example, using a sliding window longer than 10/12 cycles
with an output every 10/12 cycles).

The follpwing results are based on simulafion, with the following simulafion ndifigns (see

Figure H.1):

ampling frequency: 10 240 Hz (first well suited frequency for_ha i 51a|ysis:
048 pts for 200 ms).

Noise: Gaussian white noise at 0,01 x Uy;,, RMS. For st istortion frele signal,
this noise level produces 200 ms RMS value in the/fa Uqin- Thiis noise
level simulates a device just at the limit of the allowed\i i

DN (D

N

100,08 /\v/ A l
( \_J

| |

100,06 .

100,04 Hi M ‘ _ > !
100,02 [l Il x 1 , AT

100,00 {1

R VNN N i “' T

%99 \x |

200 ms RMS valeur (% Ugin)

99,90

0 160 200 300 200 560 660

200 ms RMS value sample number
IEC 2972/13

Figure F.1 — Simulated signal under noisy conditions

The signal used for checking gapless RMS voltage measurement is a fluctuating fundamental
signal with following settings:

— Sine modulation

— Fundamental amplitude: 100 % of Uy,

— £10 % modulation depth

— Modulating frequency: 2,3 Hz
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With the above settings, the 10/12 cycles RMS values give this kind of waveform, illustrated in
Figure F.2:

108

106

104

-
o
N

% Udin)

-
(=]
o

Tot.
©
®

©
[=2)

94 “

([N
% 5 10 15 20 25 3 3 40/ 45 50

IEC 2973/13

For the|simulation of a theopretical id i ¥quency of the fluctuation is| exactly
2,3 Hz. [Using an FFT andlysis, it’is ct gaps: the spectrum in Figune F.3 is
obtained with a 100 pts_rectangtlar analysis,wi .

AN

N

NN |
0

D

c
£l | |
i L J J L\
-20
—-40
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Frequency (Hz) IEC 2974/13

Figure F.3 — 2,3 Hz Frequency fluctuation

If there is only a missing sample between two measurements, the spectral leakage effects
become visible as shown in the following figure: in blue, the spectrum with gapless
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measurement, in red, the spectrum with just one missing sample (ca 100 us...) between

measurements, see Figure F.4:

100, T T
With one missing sample

tude (dB)

Sy

Relative-amplit

As an |ndication for the gap (or overla tween
following equation:

AM)?

IEC 297

0 measurements, we can

(M1)2 + A(n+1)2
where n| i o the modulating frequency and A(n) the corres
amplitug i an—analysis window of 100 RMS values and a mo
frequen 3 467 a ning the DC component as an index of 0).
Figure [ VS thisyindicator has a very high value for exact gapless measu
and decrea quickly even with small gaps between con
con

measure¢ments i missing samples means overlap between
measur¢ments):

/13

use the

ponding
dulating

rements
secutive
secutive
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800

700

600

500

NOTE Q

If we ta
one mis

S0V

200

100

L

-60 -40

rms @nd Q,, are defined in Annex E .

Figure F.5 — lllustra

e a closer look to the range [
sing sample, see Figure F.6:

-20 0 20
Missing samples
IEC 2974/

X

3

g samples

hat it is possible to detect eyven just

800

700

600

500/\

300 / \
200 / \
100
0
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Missing samples
IEC 2977/13

Figure F.6 — Detection of a single missing sample

NOTE Qgygand Q, are defined in Annex E .

These results are valid for an ideal signal, i.e. with 0 % deviation on the fundamental
frequency as well as the modulating frequency and also with perfectly synchronized sampling.
IEC 61000-4-7 tolerates a deviation of 300 x 106 of the synchronisation of the 10/12 cycles
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time window. Should an ideal signal be assumed which is sampled with a sampling frequency
error of =300 x 10-6 | the results are shown in Figure F.7:

120

100

80

40

20 J
N
\legd 40 60 80 100
ples
IEC 2974/13

If we add £100 x 106 deviati dulating/frequency, the results are shown ip Figure
F.8 and|Figure F.9:

Sy

%

X

NOTE Qgus @nd Q, are defined in Annex E.

70

b

40
o
30
20 \
) N
-‘POO -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Missing samples
IEC 2979/13

NOTE Qgyg @nd Q, are defined in Annex E.

Figure F.8 — Qgyg for an ideal signal, sampling error = 400 x 106
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300

250

200

100

™
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.10~ sho
hization:

-80 -60 -40 -20 0 20 40\ \? 100
Missing samples

rus @nd Q, are defined in Annex E.

honics, the sa

modulation

e safety

we chose a limit v : : declare

ws the result with an ideal test signal and perfect sampling fréquency
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-101 -

400

350

300

250

a- 200

ToU

100

50

L

-‘?00 -80 -60 -40

NOTE Qgusand Q, are defined in Annex E.

-20

Figure F.11 shows the result with 300

140

0 20
Missing sample

D
R

IEC

erfect sampling

pling frequency error and 10

100

298

120

100 x \/

D x 106

(¢]
60.
40
’ BN
-‘FOO -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

NOTE Qgpus ang Qu @re defined in Annex E.

Missing samples

IEC 2982/13

Figure F.11 — Qgys With 300 x 10-% sampling frequency error and 100 x 10-% modulation

frequency error
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The limit QH > 20 is valid for the harmonic test.

This indicator is not enough to detect filtering effects: the following Figure F.12 shows the
results obtained with a 20/24 cycles sliding window with a value output every 10/12 cycles:

250
200
3
[e]
E 7
= 150
A 8\ Q
<
N 100
S AR N\
B \
50 C \>

2 \_40 60 80 100
les
IEC 2983/13

X

NOTE Q Q,, are defined in Annex E.

RMS and
Figure(F.12 — Qgys With a indow with a output every 10/12|cycles
To detegt this kind of wr i c d a test on the amplitude of the fluctuating

componFnt:
Figufre F.13 shw/\ﬁf/ﬁ\ implementation, and shows in red the wrong pne.

15

th

707}

T

(%)
\

B(46)/YN

e ~\/ —

fo 80 w0 a0 20 0 20 40 60 80 100
Missing samples

IEC 2984/13

Figure F.13 — Amplitude test for fluctuating component

This condition on the value of A(46) for 10/12 cycles RMS value and B(46) for harmonics is a
good way to detect this kind of filtering effects.
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Annex G
(informative)

Testing equipment requirements

For compliance testing, the testing equipment should support the range of 200 % U;p.

NOTE 1 For pre-compliance testing, arbitrary waveform generator can be used to inject after the attenuator.

The stability and uncertainty of the source and reference meter should be carefully considered,

aetrad-nars

d h Ha b ot lacat O o~ oo 1 =y £+ - matar
an S TS dalTCadolt U ULTTTCo T UTTC UT e TITeaoutTTu pyardirticicr.

For some class A tests, the testing equipment needs a time synchronisati ficiently
accurateg time source.

NOTE 2 |An alternative solution would be to use a non-synchronized testing\equipmen i chronized
reference|meter, at least twice more accurate than the equipment under test.

3
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Annex H
(informative)

Example of test report

Certification Laboratory: YYY Laboratory Inc., City, Country
Manufacturer: XXX Instruments Ltd., City, Country

Model Number(s): ZZZ-1
Firmware version: x.xx

This Ceftificate applies:

br values of Uy;, between xxx V and xxx V, at xx Hz.

f
— Hor a rated range of operation [xx°C — xx °C]
For a range of power supply xxV to xxV

The insfrument designated above complies with IEC 62586-

The follpwing 61000-4-30:2008 measurement methods have be&en tes

Parameter Class e/\ >Impl(em nt dN Comment

Aggregatipn Yes

Power freguency Yes /F\ Yes

Flicker < \\A > Yes
™

Supply vdltage dips and swefNQ Yes

Yes

Class’S\
et
Yes
Magnitud¢ of the supply voltage --- \ (R }es
N
ies
“Yes

Supply vdltage mterrly\lonsk Y&.\\

Supply vdltage unbﬁqnc% < ‘-- Yes

Voltage harmonics < \7\ --- Yes

Voltage irjter- harmon@ \ — ] — -

Mains S|g"|aII|ng/\f\|~l{¥\ \ - --- Yes

Under/ov4 r/d\\n}Qon \\ \ / Yes Yes Yes

0
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Annex |
(informative)

Mixed influence quantities

1.1 Variations due to mixed influence quantities for frequency

Each test shall last at least 1 min (see Table I.1).

N . "

N° Target of the test Testing points Complementary test est critlerion (if
according Table 3 conditions agcording test is applicable)
to Table 5
1.4.1 Check influence of mixed P1 for Frequency 2 M1 < \ easurement needs
power system influence S to ply with
quantities M2 s IEC 61000}-4-30
/MQ\ \ \ requiremeft about
measuremgent
1.4.2 Check influence of mixed P2 for Frequency 2 yl{ X uncertaint

gﬁ;vr?tritiseysstem influence /(> /\M/i <
)

1.4.3 Check influence of mixed P3 forFrequency 2 M\ /
power system influence
quantities \M2

M3

1.4.4 ||Check influence of mixed P4 for Frequéney M1
power system influenc
quantities x M2

all e\the/figures provided line “Frequency 50 Hz". Instrumepts
res provided in line “Frequency 60 Hz”. Instruments intend¢d to work
rovided both in line “Frequency 50 Hz” and in line “Frequency

2 Instruents intehded
intended to work at-60 S

both gt 50 Hz and 6 z shall u
60 HzJ.

ixed influence quantities for magnitude of voltage

N° Talgct Uf thc tcat Tcﬁt;lls Pv;llta cvlllv:clllclltﬂly tcot Tcot \'I;l rion (if
according Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 5
2.4.1 Check influence of mixed P1 for Voltage M1 Measurement needs
power system influence magnitude to comply with
quantities M2 IEC 61000-4-30
M3 requirement about
measurement
2.4.2 | Check influence of mixed P2 for Voltage M1 uncertainty
power system influence magnitude
quantities M2
M3
24.3 Check influence of mixed P3 for Voltage M1
power system influence magnitude
quantities M2
M3
2.4.4 Check influence of mixed P4 for Voltage M1
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N° Target of the test Testing points Complementary test Test criterion (if
according Table 3 conditions according test is applicable)
to Table 5
power system influence magnitude M2
quantities
M3
2.4.5 Check influence of mixed P5 for Voltage M1
power system influence magnitude
quantities M2
M3
.3 \
Each test shall last at least 1 s (see Table 1.3).
Table 1.3 — Mixed influence quantities test for dips_and sw
N° Target of the test Testing points Comp nt t;st Test criterion (if
according Table 3 conditions.according test is applicable)
to-Table's
4.4.1 Check influence of mixed P1 for Dips / m \) Measurement needs
power system influence Interruptions / S to comply with
duantities <\ Mé A \ IEC 610001-4-30
_ requiremeht about
'6&3 V measuremgent
4.4.2 | ¢heck influence of mixed P2 for Dips / M1 uncertaint
power system influence Interruptions / e
quantities \M%
L s
4.4.3 | dheck influence of mix \( P3 forDipsh M1
gower system influence Interrupti / Swel
quantities M2
M3
4.4.4 | Gheck influshce’of-mixed for Dips / M1
gower system influence Intercuptions / Swells
quantities M2
M3
4.4.5 Gheck {nfluence\of Mmixe P5 for Dips / M1
power system influente Interruptions / Swells
quantities M2
M3
.4 \ ations

Covered by 6.2.2

It is sufficient to verify that the underlying 10/12-cycle calculations for magnitude of supply
voltage meet the relevant accuracy and range requirements.
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MESURE DE LA’QUALITE DE L'ALIMENTATION
DANS LES RESEAUX D'ALIMENTATION -

Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude
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La Norme Internationale CEIl 62586-2 a été établie par le comité d'études 85 de la CEIl:
Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
85/461/FDIS 85/467/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CEl 62586, publiée sous le titre général Mesure de
la qualité de I'alimentation dans les réseaux d'alimentation, figure sur le site web de la CEl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
* amendée.

Le confenu du corrigendum de novembre 2014 a été pris en considération~dans cet
exemplaire.

IMPORTANT - Le logo "colour inside” qui se trouve sur la e cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont consi s comme tiles a
une bofne compréhension de son contenu. Les utilisa i ar conséjquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante
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INTRODUCTION

La qualité de l'alimentation est a l'échelle mondiale de plus en plus importante dans les
réseaux d'alimentation et est généralement évaluée par des instruments de qualité de

I'énergie.
La norme IEC 62586-2 spécifie les essais fonctionnels et d'incertitude destinés a vérifier la

conformité d'un produit par rapport aux méthodes de mesure de classe A et de classe S
définies dans la norme CEI 61000-4-30.

Ainsi, la CEl 62586-2 compléte la CEl 61000-4-30.

@@»
S
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MESURE DE LA'QUALITE DE L'ALIMENTATION
DANS LES RESEAUX D'ALIMENTATION -

Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 62586 spécifie les essais fonctionnels et les exigences

d'incertifude pour les Iinstruments dont les fonctions incluent la mesure/ I'enregisirement et
éventuellement la surveillance des parameétres de qualité de I'énergie réseaux
d'alimentation et dont les méthodes de mesure (classe A ou classe dans la
norme GEI 61000-4-30.

La présente norme s'applique aux instruments de qualité de ctent la
norme GEI 62586-1.

Cette n mes de
produitg evenus,
relais de qualité
de I'éne

Ces exi ivisée) et
triphaséle c.a. a 50 Hz ou 60 Hz

NOTE 1 |La présente norme bciés aux
performarces de mesure des appareils:

NOTE 2 [La présente normge nple avec
un logicie| dédié.

2 Réflérences no

Les dog 5. SUui ~ ités en référence de maniére normative, en intégralitf ou en
partie, X ent et sont indispensables pour son application. Rour les
référeng 2es, Ie ‘édition citée s’applique. Pour les références non datées, la flerniére
édition d grence s’applique (y compris les éventuels amendements).

CEl 610 patibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-4: Environnement —
Niveaux de’ compatibilité dans les installations industrielles pour les perturbations c<|)nduites
a basselfrégquence

CEI 61000-4-7, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-7: Techniques d'essai et de
mesure — Guide général relatif aux mesures d'harmoniques et d'interharmoniques, ainsi qu'a
l'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont
raccordés

CEI 61000-4-15, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-15: Techniques d'essais
et de mesure — Flickermétre — Spécifications fonctionnelles et de conception

CEI 61000-4-30:2008, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-30: Techniques
d'essais et de mesure — Méthodes de mesure de la qualité de I'alimentation

IEC 62586-1, Mesure de la qualité de I'alimentation dans les réseaux d'alimentation — Partie 1:
Instruments de mesure de la qualité de I'alimentation
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3 Termes, définitions, abréviations, annotations et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes and définitions de la CEI 61000-4-30, ainsi
que les termes et définitions suivants, s'appliquent:

3.1 Termes et définitions générales

3.11

plage limite de fonctionnement

conditions extrémes qui peuvent étre supportées par un appareil de mesure sans dommage et
sans dégradation de ses caractéristiques métrologiques lors d'une utilisation ultérieure dans
ses conditions assignées de fonctionnement

Note 1 a| l'article: 1l convient que l'instrument de mesure puisse fonctionner
fonctionn¢ment.

plage~ [limite de

3.1.2
plage agsignée de fonctionnement
plage d¢ valeurs d'une grandeur d'influence unique qui fait partie nditi ighées de
fonctionnement

Note 1 a [article:
3.2 Termes et définitions relatives a l'incer

3.21
incertitude intrinséque
incertitude d'un appareil de mesure lors

Note 1 a [l'article:
assignée

sa plage
re.

[SOURCGE: CEI 60359:2

3.2.2
grandeur d'influenc
grandeu
I'indicat

n entre

Note 1 a
de I'envir

pesure ou

Note 2 a ||
il est nécq

g mesure,

Note 3 a ['article: Une grandeur d'influence est dite située dans une plage C' a C" lorsque les résultpts de sa
mesure satisfonttarefation C X V=0 VF U C*

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.1.14]

3.2.3

variation

variation en fonction d'une grandeur d'influence unique

différence entre la valeur mesurée dans les conditions de référence et toute valeur mesurée
dans la plage assignée de fonctionnement (pour cette grandeur d'influence spécifique)

Note 1 a Il'article: Il convient que les autres caractéristiques de performances et les autres grandeurs d'influence
restent dans les plages spécifiées pour les conditions de référence.
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3.24

conditions de fonctionnement nominales

ensemble de conditions devant étre remplies pendant la mesure pour qu'un diagramme
d'étalonnage soit valable

Note 1 a l'article: Outre I'étendue de mesure spécifiée et les domaines de fonctionnement assignés pour les
grandeurs d'influence, les conditions peuvent comprendre des domaines spécifiés d'autres caractéristiques de
performances de fonctionnement, et d'autres indications qu'il est impossible d'exprimer sous forme de domaines de
grandeurs.

[SOURCE: IEC 60359:2001, 3.3.13]

3.2.5
incertitbde de fonctionnement
incertitude dans les conditions nominales de fonctionnement

Note 1 a| l'article: L'incertitude instrumentale en fonctionnement, comme l'incertitud
évaluée gar l'utilisateur de l'appareil, mais déclarée par son constructeur ou htion peut
revétir la fforme d'une relation algébrique impliquant l'incertitude instrumenta e urg d'une ou
plusieurs [grandeurs d'influence, mais une telle relation est seulement un jnoyen commg imeér un lensemble
d'incertitudes instrumentales en fonctionnement dans différentes conditions ‘d'utiti on pas ung relation
fonctionng¢lle pouvant servir a évaluer la propagation de l'incertitude a I'inté

e, P'est pas

[SOURCE: CEI 60359:2001, 3.2.11, modifiée — Le e a été supprimer dans
le termg et dans la définition. ]

3.2.6
incertitude systéme global
incertitude incluant l'incertitude instru
mesure| (capteurs, fils, instrument
fonctionnement

eme de
ées de

3.3 Nlotations
3.3.1 Fonctio

Voir les|fonctions El 61000-4-30:2008.

3.3.2
N.R.
N.A.

3.3.3

min aleur’minim

max aleur maximum

4 Exigences

4.1 Prescriptions concernant les produits respectant la classe A

Les produits respectant la classe A de la norme CEI 61000-4-30 doivent étre conformes aux
exigences suivantes:

— Conformité avec l'incertitude de fonctionnement de classe A, basée sur le contrdle, tel que
défini dans I'Article 8.

— Conformité avec les essais fonctionnels de classe A, tels que définis dans I'Article 6,
basée sur les exigences communes définies dans I'Article 5. Un résumé de ces tests est
présenté au Tableau 1.
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Tableau 1 - Résumé des essais de type pour la classe A

Grandeurs Article Méthode de Incertitude de mesure et Evaluation | Agrégation
d'influence des mesure étendue de mesure de mesure de mesure
réseaux
électriques Incertitude dans Variations
les conditions en fonction
de référence des
grandeurs
d'influence
Fréquence 6.1 6.1.2 6.1.3.1 6.1.3.2 6.1.4 N.A.
d'alimentation
Amplitude de la 6.2 6.2.1 6.2.2.1 6.2.2.2 N.A. 6.2.4
tension
d'alimentdtion /
Papilloterhent 6.3 Voir la Voir la NA. A NA
CEI 61000-4-15 | CEIl 61000-4-15 (\
Interruptigns, creux | 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
et Surtengions de @ A%
la tension
d'alimentation .~ \
Déséquilibre de 6.5 6.5 6.5 A, \ \NQ} N.A
tension
d'alimentation
Harmoniguies de 653 | 6.6.1 6.6.2.1 \) 6.62,2 N.A. 6.4.4
tension (\
Interharmpniques | 6.7 6.7.1 7.5 6.72.2 N.A. 6.1.4
de tensio
=
Tension de la 6.8 6.8 6.8 6.8.2.2 N.A. 6.9
signalisat|on sur
réseaux
sous/sur-fiéviations [ 69 [6.9 \ [ Neatt S |69 N.A. 6.
Marquagq 6.10 [ \] 6.70_ A/ N.A. N.A. N.A
(Flagging
Controle \6>1 N.A. Bt N.A. N.A. N.A
d'incertitulde
d'horloge
Variationg en 6. WA, N.A. 6.12 N.A. N.A
fonction des
grandeurg
d'influenck
externes
4.2 P
La procedure—d'essais—des—instruments—declasse-S-est-identique—a-celledes—instruments de

classe A, si les méthodes de mesure de classe A son

t mises en ceuvre (voir Article 6).

Toutefois, la plage de mesure et l'incertitude de mesure doivent respecter ou satisfaire aux
exigences de performances définies dans la CEl 61000-4-30 pour les instruments de classe S.

Les produits respectant la classe S de la norme CEI 61000-4-30 doivent étre conformes aux
exigences suivantes:

défini dans I'Article 8.

Conformité avec l'incertitude de fonctionnement de classe S, basée sur le contrdle, tel que

Conformité avec les essais fonctionnels de classe S, tels que définis dans I'Article 7,

basée sur les exigences communes définies dans I'Article 5. Un résumé de ces essais est
présenté au Tableau 2.
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Tableau 2 - Résumé des essais de type pour la classe S

Grandeurs Article | Méthode Incertitude de mesure et Evaluation Agrégation
d'influence des de étendue de mesure de mesure de mesure
réseaux électriques mesure - .
Incertitude Variations en
dans les fonction des
conditions de grandeurs
référence d'influence
Fréquence 71 7.1.2 7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.4 N.A.
d'alimentation
Amplitude de la 7.2 7.2.1 7.2.2.1 7.2.2.2 N.A. 7.2.4
tension d'alimentation
Papillotgrrent 3 NAT NAT NA N./—‘Y N~
Interrupfions, creux et 7.4 7.4 7.4 7.4 d N-A
Surtensipns de la
tension ¢'alimentation /
Déséquilibre de 7.5 7.5.2 7.5.2 N.A. NMA.
tension gl'alimentation (\
Harmonifques de 7.6 7.6.2 7.6.3.1 7.6.3/ \ ﬁA. 7.6]5
tension
Interharmoniques de 7.7 7.7 7.7 7.7 N A. 7.7
tension a
Tension|de Ia 78 | 7.82 7.8.3.1 \INA. N.A. NA.
signalisgtion sur
réseaux
sous/sui-déviations 7.9 N.A. ESA' N.A.\/ N.A. N.A.
Marquade (Flagging) 7.10 N.A. N.A. N\Q N.A. N.A.
Controld d'incertitude | 7.1 1( N.A. N.AQ VA N.A. NA.
d'horloge /\ .
Variatiops en fonction N.M N.A. N.A. N.A.

des grarjdeurs
d'influenice externes

(™

Y
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5 Essais de type fonctionnel exigences communes

5.1

5.1.1

Etendues de mesure

Philosophie générale des essais

Le Tableau 3 ci-dessous définit les différents points d'essais qui doivent étre appliqués selon
les procédures d'essai définies dans l'article

Tableau 3 — Points d'essais pour chaque paramétre mesuré

Parametre Classe 1 Poimtd'essai Poimtd'essai Poimtd'essai Poimtd* —Puojint d'essai P5 *°
mesuré P1° P2° P3°®
N
Fréquence 50 HE | A 42,5 Hz 50,05 Hz 57,5 Hz 50}4& (\ NA.
(couvre 50 Hz
S 42,5 Hz 50,05 Hz 57,5 Hz 56\HZ N./>
Fréquence 60 HE | A 51 Hz 59,95 Hz 69 Hz Bo.Hz NA.
® (couvre 60 Hz X
S 51 Hz 59,95 Hz 69 Hz 60& \ N.A.
Grandeur de la | | A 10 % Uy, 45 % Uy, 80 % Uy S N5 % Uy ) 150 % Uy,
s 20 % U, 45 % U, 70 % Uy, %05 % Uy, 120 % Uy,
Surtensions ° A Surtension- Surtension+ 10\% Uy 12()\%/Udin 200 % Uy,
seuil seuil ¢ /\
s Surtension- | Surtehsion® 10 %ty ' [M20 % Uy, 150 % Uy,
seuil seuil ¢
Creux, Creux+ seuil ¢ | Creux-/Seuil © | 200% Uy, 60 % U, 850% U,
interruptions °
P S Creux+ seuil d Creux-%euil% %\0\%\&&2 60 % Uy, 85(% Uy,

Harmoniques dg
tension

\

Fondamentale

seldn les
écifications

1 % sur la 50°™

harmonique

Fondamentale
selon les
spécifications

Distorsion sur
toutes les
harmoniques
simultanément
jusqu'au 50°™°
ordre a 10 % des
niveaux de
compatibilité de
classe 3 de la

Fopdamentale
selpn les
specifications

Didtorsion sur
toutes les
haimoniques
simultanément

jushu'au 50°™

ordre a 200 % des
niveaux de
compatibilité de
clapse 3 de la

éme

jusqu'au 40
ordre a 10 % des
niveaux de
compatibilité de
classe 3 de la
CEI 61000-2-4

jusqu'au 40

) CEI 61000-2-4 CE| 61000-2-4
\ n ntale | Fondamentale Fondamentale Fondamentale Fondamentale
selon les selon les selon les selon les selpn les
spécifications | spécifications spécifications spécifications specifications
5 % sur la 10 % sur la 3°™ | 1 % sur la 40°™ | Distorsion sur Digtorsion sur

Aéme L : L : 4 4 1 4
z rarmontaue rarmontaue tottes—tes tottes les
harmonique harmoniques harmoniques

simultanément

simultanément
ordre a 100 % des
niveaux de
compatibilité de
classe 3 de la

CEI 61000-2-4
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Paramétre Classe | Point d'essai Point d'essai Point d'essai Point d'essai P4 ? | Point d'essai P5°
mesuré P1°? P2°? P3°

Interharmoniques | A Fondamentale | Fondamentale Fondamentale Fondamentale Fondamentale

de tension selon les selon les selon les selon les selon les
spécifications | spécifications spécifications spécifications spécifications
5 % sur 10 % sur 1 % sur Distorsion sur Distorsion sur
l'inter- I'interharmonique | l'interharmonique | 4 interharmoniques | 4 interharmoniques
harmonique a7,5xla a49,5xla sélectionnées ° sélectionnées
a1,5xla fréquence fréquence jusqu'au 50°™° jusqu'au 50°™°
fréquence fondamentale fondamentale ordre a 10 % des ordre a 200 % des
fondamentale niveaux de niveaux de

compatibilité de compatibilité de

classe 3 de la classe 3 de la

CEI 61000-2-4 CEI 61000-2-4
S N.A. N.A. N.A. N-A.

MsV Uy, @pplique Uy, @pplique Uy, appliqueé 4k appliqué a la
ala ala fréquence a la fréquence freguence
fréquence fondamentale, fondamentale, fonjdamentale,
fondamentale, | avec 1 % Uy, avec 3 % Uy, \a% c15% Uy,
avec 0 % Uy, | alafréquence a la fréquence a la fréquence de
ala de porteuse de porteuse poiteuse spécifiée
fréquence de spécifiée spécifiée
porteuse
spécifiée

s N.A. N.A. NA () NA.

NOTE Ce tablg

Les paramét
P2 pourle p

Les instrum
instruments
destinés a fi
60 Hz".

Pour plus d'i

Surtension+
résiduelle +

Surtension-
— hystérésis

Creux+ seui
hystérésis

Creux- seuil
hystérésis

Le fabricant

les angles dg

seuil =
hystérésis
seuil = Seui

Seuil infé

ents destinés a fonctionner a 50 Hz doive
Hestinés a fonctionner a 60 Hz doivent utili
nctionner a 50 Hz et 60 Hz doivent

hformations, voir I'Anne

éri

Fes mesurés doivent étre considérés individuelle
hpillotement, etc.

es‘chiffres fournis ala ligne "Fréquerlce 50 Hz".
a la ligne "Fréquence 60 Hz".
urnis aux lignes "Fréquence 50 Hz

e, Point d'essai

Les
Les instruments
" et "Fréquence

£ de la tension

nsion résiduelle

jon résiduelle —

5.1.2

"Grandeurs d'influence des réseaux électriques” simples

Le Tableau 4 spécifie en détail les exigences du 6.1 dans la CEIl 61000-4-30:2008. Il spécifie

les états d'essai min,

moyen et

max pour

chaque grandeur

d'influence

du réseau

d'alimentation, ainsi que pour chaque classe de performance. Les états d'essai devront étre
considérés pour chaque grandeur d'influence du réseau d'alimentation indépendamment et
non en tant qu'ensemble complet. Ces points d'essais doivent étre appliqués selon les
procédures d'essai définies dans I'Article 6 et dans I'Article 7.
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Tableau 4 - Liste des "grandeurs d'influence des réseaux électriques” simples

Grandeurs Classe Etat d'essai S1° | Etat d'essai S2 ® | Etat d'essai S3 ° | Etat d'essai S4 °

d'influence des
réseaux

électriques
Fréquence: 42,5 Hz 50 Hz 55,75 Hz 69 Hz
1 pour les S 42,5 Hz 50 Hz 55,75 Hz 69 Hz
instruments
couvrant a la
fois les
fréquences
50 Hz et 60 Hz
2 pour Ids 175 HzZ 50 HZ 57,5 HzZ S
instrumgnts
couvran S 42,5 Hz 50 Hz 57,5 Hz -
uniquement la Q
fréquenge 50 Hz
3 pour lgs 51 Hz 60 Hz ---
instrumgnts
couvran S 51 Hz 60 Hz Hz g
uniquemlent la
fréquenge 60 Hz
Grandedr de Ia 10 % Ugin, — [~ \]200% uginy
tension

s 10 % Ugi, A\ /4150 % Ugin

Harmonifques A U -~< ---

(en plus|du
signal d¢ la
fondamgntale)

:garmonique: 5%
din

23éme
harmonique: 5 %
U

din

Harmonique H5:

15 % U, & +90°
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Grandeurs Classe Etat d'essai S1° | Etat d'essai S2 ® | Etat d'essai S3 ° | Etat d'essai S4 °
d'influence des
réseaux
électriques

Interharmonique A Fréquence = Fréquence = Distorsion

s® 1,5 x la 0.5 x la appliquée

incluant | fréquence fréquence simultanément

ggnncgiasnouzsla fondamentale; fondamentale; a deux
9% d'U, 2.5 % d'U; fréquences
fondamentale) din din interharmoniques
1) Fréquence =
2°™ harmonique
plus 5 Hz
50 Hz,
b Hz
e=4%
Ence =
*Mharmonique
plds 10 Hz
(110 Hz & 50 Hz,
et/ou 13(¢ Hz
a 60 Hz)
Amplitude = 6 %
S -

@ Les grandeurs d'influence pour la
fréqyence, Etat d'essai S ter dans
les conditions de référence\pourles

® Les fensions de la sig our étre
une grandeur d'influence.

¢ Les harmoniqué e

d Ce s|gnal représente’unfa

NOTE [e tableau gétVissy du

5.1.3 esure des "grandeurs d'influence des réseaux électriques”|mixtes

Le Tabl

Les étafs d'essai du~Tableau 5 devront étre considérés comme un ensemble complet fincluant
toutes lesgrandeurs d'influence agissant ensemble
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Tableau 5 - Liste des "grandeurs d'influence des réseaux électriques™ mixtes

Grandeurs d'influence Etat d'essai M1 ® Etat d'essai M2 * Etat d'essai M3 ®
des réseaux électriques

Fréquence faom £ 0,5 Hz foom— 1 Hz £ 0,5 Hz foom+ 1 Hz £0,5Hz

(faom = 50 Hz et 60 Hz)

Amplitude de la tension Ugin £1 % Déterminé par le Déterminé par le
papillotement, le papillotement, le
déséquilibre, les déséquilibre, les
harmoniques, les harmoniques, les
interharmoniques (ci- interharmoniques (ci-
dessous) dessous)

=_Z-. N0 4
T
s

Papillotgment P <O =4 O,_‘. fotttatonr—T—=4% _ mredulation
rectangulaire rectangulaice
a 39 changements / min 2110 .changemeénits / min

Déséquilibre 100 % +0,5 % d'Uy;,, sur 73 % 10,5 % d'Uy;,
tous les canaux. Tous les | Canal 1

angles de phase sont o o 4
120° (équivalents a 80 % 10,5 % d'Ug
Canal 2

=0 %, u,=0%
o =0 % u; =0%) 87 % +0,5 %

gn

din

din

C

tous les angles de
hase sont 120°

(équivalents a ug F

4.95 %, up = 4.95(%)

10 % + 3 % d'Ug;y|78me
a180°
5%

3% d'Ugy, 138me 3 0°
5% +3 % d'Ug;,, 356me
a0°t

Harmonilques 0 % a3 % d'Ugip,

Interharmoniques 0 %N& 03\\% 'Ugin ;;/} +0,5 % d'Uyip 1% +0,5 % d'Uyg
[\ 2 ‘5 fnom a 315 fnom
tre¢o

?  Les |grandeurs Ad'influence doivent & idérées toutes ensemble, avec un mélange de toptes les
granfleurs d'infi 8.
NOTE [e tableau es @«Q’a eau | 61000-4-30:2008.

5.1.4 nce externes”
Le Tabl leauw 7 spécifient les différents états d'essai relatifs a la tempénature et
ala ten i i
Tableau 6 - Influence de la température
Grandeurs Etat d'essai ET1 Etat d'essai ET2 Etat d'essai ET3
d'influence
Température ° Température minimale de la Cas le plus défavorable Température maximale de la
gamme assignée de défini par le fabricant dans gamme assignée de
fonctionnement ° la plage de 0 °C a4 45 °C"® fonctionnement ®
Temps de bain nécessaire Temps de bain nécessaire Temps de bain nécessaire
pour obtenir pour obtenir pour obtenir
I'équilibre, minimum I'équilibre, minimum I'équilibre, minimum
1 heure. 1 heure. 1 heure.

L'air circulant peut étre forcé dans la chambre d'essai, de qui réduit I'impact de I'auto-échauffement du
produit. Si I'air circulant est forcé, la limite de température doit étre ajustée pour tenir compte de I'impact de
I'air forcé sur la température interne de I'appareil soumis a I'essai.

Pour les produits PQI, cette gamme assignée de fonctionnement est spécifiée dans le Tableau 1 et le
Tableau 2 de la CEIl 62586-1. Chaque fabricant ou norme de produit faisant référence ala CEIl 62586-
2 devra spécifier la plage de température assignée de fonctionnement.



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

Tableau 7 -

-126 - 62586-2 © C

Influence de la tension d'alimentation auxiliaire

El:2013

Grandeurs d'influence

Etat d'essai EV1 Etat d'essai EV2

Tension d'alimentation auxiliaire

tel que spécifié par le fabricant

Unin U,ax tel que spécifié par le

fabricant

5.1.5

Critéres d'essai

Le Tableau 8 spécifie les différents critéres d'essai utilisés dans I'Article 6 et I'Article 7.

Tableau 8 — Liste des critéres d'essais génériques

s yan shar Oniques so mlg\;}}(
it étr s l'incertitade spécifiée’dans la CEI 61000-4-7 |

Criteres d'essai N° Définition

TC10s(unc) Toutes les 10 s, la mesure de fréquence doit étre dap\sﬁlncer itude s le ée.

TC10s(slam) ‘Tou.tes\ les 10 s, la mesure de fréquence doit étre |@Kh\\s\ X fo§ l'incertitude
intrinséque).

TC(11< N <£13) Nombre du compteur des relevés de fréquenée\enZ\m}\?\ 1 sNé‘l\)

TC10/123(unc) Tous les 10/12 cycles de base la mesux{dm I mceNtude spécifiée.

TC150/180(unc) Tous les 150/180 cycles la mesur;vﬂ/@eg\\no\\t e\gw incertitud¢ spécifiée.

TC10/14(unc)-harm Pour le ou les rangs harmomqui is aﬁw les 10/12 cyclgs de base la
mesure doit étre dans l'incertitude s |fn?g dans la CEl 61000-4-7 classq |.

TC150/180(unc)-harm Pour le ou le ssails, tous les 150/180 cyfles la mesure

asse |.

TC10 mi

n(unc)-harm

d'agrégation
Pourle oulesr har ues oum\k\au/essals, toutes les 10 min la

an
d'agrégation doft%tire dm

mesure

(unc)-interharm [\

terharm iques soumis aux essais, tous les 10/12
'incertitude spécifiée dans la CElI 61000-4-7 clag

sure doi tre

'ingertitude spécifiée dans la CEI 61000-4-7 c]asse |.
TC150/180(unc)-thd deformatlon armoniqueto Ie s alculée selon la définition du sous{groupe
W onique totale ) dans la CEI 61000-4-7.
TC10/12 ur Nu les ra Cycles de base

se l.

TC150/1

80(unc)-int{0§m>

e'au lestrangs interharmoniques soumis aux essais, tous les 150/18
mesyre d'agrégation\deit étre dans l'incertitude spécifiée dans la CEl 610

0 cycles la
D0-4-7 classe I.

TC10 mi

n(unc) mterhar

rleoul s angs interharmoniques soumis aux essais, toutes les 10 m
ag 2gdtion doi etre dans l'incertitude spécifiée dans la CEI 61000-4-7 ¢

in la mesure
asse |.

NOTE |Le fabricant\peut procéde a\uene/urs répétitions du méme essai a la suite pour s'assurer qlie les résultats
sont repfroductibles:

5.2 P

5.21 Appareil essai

L'appareil en essar doit &ire representatit du dispositt en production.

5.2.2

Conditions d'essai

Les conditions de référence d'essai définies dans la norme de produit associée doivent
s'appliquer sauf indication contraire. Pour les produits PQI, ces conditions de référence sont
spécifiées dans la CEl 62586-1.

5.2.3

Equipement d'essai

L'équipement d'essai et sa date d'étalonnage doivent étre spécifiés dans le rapport d'essai et

dans le

certificat.

Pour les essais de classe A, un appareil de synchronisation externe doit étre utilisé.



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

62586-2 © CEI:2013 -127 -

NOTE Des instructions sont fournies dans ’Annexe G.

6 Procédure d'essais fonctionnels pour les instruments respectant la classe A
de la CEI 61000-4-30

6.1 Fréquence d'alimentation
6.1.1 Généralités

La mesure de fréquence doit s'effectuer sur le canal de référence.

6.1.2 Méthode de mesure

Chaque|essai doit durer au moins 2 min. (\(
N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai C 'tére\l}'essai (si
le Tableau 3 compﬂw taires \‘i'\es i g"applique)
A1.1.1 Vérifier que l'intervalle Boucle (voir schéma e @s(sz m)
moyen est de 10 s ci-dessous): c fréguehce

TC(11< N <£13)
Triangle P1-P3

Durée: 5s

Triangle P3-P1

6.1.3 Ince sure et etendue de mesure

6.1.3.1 ns conditions de référence
Chaque moins 1 min.
N Cibl I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai g'applique)
A1.21 Veérifiez la plage de mesure P1 pour la Fréquence 2 --- TC10s(unc)
A1.2.2 Veérifiez la plage de mesure P2 pour la Fréquence 2 --- TC10s(unc)
A1.2.3 | Vérifiez la plage de mesure P3 pour la Fréquence 2 --- TC10s(unc)

Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 50 Hz".
Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 60 Hz".
Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes
"Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".
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6.1.3.2 Variations en fonction des grandeurs d'influence simples
Chaque essai doit durer au moins 1 min.
N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A1.3.1 Mesurez l'influence de P2 pour la Fréquence 2P S1 pour I'amplitude TC10s(unc)
I'amplitude de la tension sur de la tension.
I'incertitude de la mesure
(pour les autres calculs selon
les exigences de |'Article 8).
A1.3.2 Mesurez l'influence des P2 pour la Fréquence 2° S1 pour les TC10s(unc)
harmoniques de la tension harmoniques
ILH did A o 1
(pour les autres calculs selon
les exigences de |'Article 8).
2 Les Instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres foufni nce 50 Hz".
Les Instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis Pice 60 Hz".
Les jnstruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz doivent utilis deux lignes
"Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".
b La mesure de fréquence s'effectue sur le canal de référence.
6.1.4 | Evaluation de mesure m
I\
N Cible de I'essai AN [ Essa
A1.4.1 Canal de référence On doit vérifier que\la mesure de fréquence s'effectue sur le ¢anal de
référence.
6.1.5 Agrégation de

L'agrégation n'est pas

6.2 Amplitud@

limentation.

6.2.1 Méthode
Chaque essai/d{du r
N Clble\dkl e sai Essai
A2.1.1 h& re sals Un essai doit étre réalisé conformément aux exigences de I'Ahnexe E.
intervallesyet san
cheva emen
NOTE |es essais ths ne sont pas répertoriés ici car ils sont couverts par d'autres essais: vérifiey la mesure
de valeJr efficace (couverte par d'autres tests), vérifiez la précision de base de 10/12 cycles de mesure (couverte
par d'autres tests)
6.2.2 Incertitude de mesure et étendue de mesure
6.2.2.1 Incertitude dans les conditions de référence

Chaque

essai doit durer au moins 1 s.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

A2.2.1. | Vérifiez la plage de mesure P1 pour I'amplitude de | --- TC10/12(unc)

la tension
A2.2.2. | Vérifiez la plage de mesure P3 pour I'amplitude de | --- TC10/12(unc)
la tension
A2.2.3. | Vérifiez la plage de mesure P5 pour I'amplitude de | --- TC10/12(unc)
la tension
6.2.2.2 Variations en fonction des grandeurs d'influence simples
Chaque|essai doit durer au moins 1 s.
N Cible de I'essai Points d'essai selon Condition d ité%\d'essai (si
le Tableau 3 complémentaire ‘essai s>applique)
selon ableau 4

A2.3.1. || Mesurez l'influence de la P3 pour I'amplitude de S1y\ur a freq\&m \ \/
fréquence sur l'incertitude de | la tension
la mesure (pour les autres Sé\p\oMeMe -
calculs selon les exigences L
u's) \p\\”\q\\

A2.3.2. || Mesurez l'influence des P3 pour I'amplit &d\e/ our TC10/12(unc) sur le
harmoniques de la tension la tension ar ique ch1 comparé a une
sur l'incertitude de la mesure tension de référence
(pour les autres calculs selon
les exigences du 8).

6.2.3 [ Evaluation de % \>
Non applicable.
6.2.4 Agrég
6.2.4.1 10/12 ¢ synchronisation
Chaque| essai_do 11 min et doit contenir au moins deux tops dfhorloge
de 10 min R
N e I es Points d'essai selon Conditions d'essai Critéere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai g'applique)

A2.4.1 Vérifie chevauchement P3 pour I'amplitude de | f = 59,99 Hz (couvrant Soumettgz la datation
d'agrégati la tension 60 Hz) ou f = 49,99 Hz et le nombre de

(couvrant 50 Hz)" blocs de |a

. _ séquencd a un essai
Dureg de I'essal = pour la
11 min

la norme
4-30.

resynchronisation
appropriée pour les
impulsions de 10 min
comme spécifié dans

CEI 61000-

Il convient qu'un top d'horloge de 10 min se produise au milieu de l'intervalle de temps 10/12 cycles numéro 3000.

NOTE 59,99 Hz = (2 999,5/600) x 12;

49,99 Hz = (2 999,5/600) x 10
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Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux tops d'horloge de
10 min RTC consécutifs. .

N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A2.5.1 Vérifiez le chevauchement Boucle (voir schéma f =50,125 Hz (couvrant | Testez I'agrégation
d'agrégation 2 ci-dessous): 50 Hz) et/ou 60,15 Hz des données sur
o L (couvrant 60 Hz) selon 10/12 cycles dans
- variations linéaires | |5 ggjection du fabricant | les données de
de tension de lintervalle de 150/180
P1a P3'penldant_ cycles par rapport
une durée d'1 min, aux impulsions de 10
pus i he spécifié
— linéaires de
P3 a P1 pendant 0-4-30.
une durée d'1 min /\
u(v)
Psk, ,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
P1
NOTE 1 e temyps sur I'axe X n'est pas
nécessaitemept.synchronisé sur les impulsions de
AN,
Il convient qu'un top d'horlege de .10 min se produise au miligu'de I'intervalle de temps 150/180 cycles numéro 201
NOTE 2| 50,125 Hz = (ZOM 150;\,.60,15 = (200,5/ 600) x 180
6.2.4.3 :
Chaque inutes et doit contenir au moins deux tops d'hofloge de

10 minuges
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ci-dessous):

— variations linéaires
de tension de
P1 a P3 pendant
une durée d'1 min,
puis

— linéaires de
P3 a P1 pendant
une durée d'1 min

N Cible de l'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai
le Tableau 3 complémentaires
selon le Tableau 4
A2.6.1 Vérifiez I'agrégation 10 min Boucle (voir schéma S2 pour la Fréquence Testez I'agrégation

des données sur
10/12 cycles de 10
min d’intervalle par
rapport aux
impulsions de 10 min
comme spécifié dans
la CEl 61000-4-30.

ux/)

O « 3

I e SRR R N S 7 i

1 min 2m|

NO Le temps sur Yax Xt pas
néCessajrement ‘symchronisé sur/les.
10 min.

6.2.4.4 Agrégation 2 h

Conditions d'essai
complémentaires

Points 'es}ai}s le
N ableau 3

N Cible de |[<s§m\\(

Critére ¢d'essai (si
I'essai §'applique)

A2.71

Vérifiez I'g%'ga%&@} n}tsi\ta\:é\;ger que la valeur agrégée de 2 h est fournie par I'¢quipement
solmis a l'essai.

%

6.3 Plapilloteme

Les ess

6.4 In et surtensions de la tension d'alimentation

6.4.1

NOTE Dlautres instructions d'essai saont fournies dans I'Annexe C et I'Annexe D

conformément aux exigences d'essai de la CEl 61000-4-15.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A4.1.1 | Vérifiez qu'Urms(1/2) sont P4 pour la fréquence ® Cet essai ne — Vérifiez, pour
synchronisés pendant au moins 15 s nécessite pas un chaque canal,
indépendamment sur d générateur que la séquence
chaque canal au passage ) . synchronisé. U, s(1/2) dans
par zéro. Il convient d'effectuer . | instrument est
un palier de tepsmn au - A T1, |nJ§ctez une conforme a la
passage par zéro. interruption 0 % séquence
Uy, d'une durée définie dans la
de 2 cycle_s suivie Figure 4.
par un palier
a90 % Uy, et de — Vérifiez le flag
2 cycles, puis un temporel
fonctionnement d'Urms(1/2)
anitorme a 94 % rle
Udin sur le can T1 + %
— AT1+10cy
1/3 cycle, ue le
appllquez | ?orel
12)
rle
st
- T1+10,5|cycles+
Y% cycle
— Vérifiezjgue le
flag temporel
d'Urms(1/2)
(N+1) sdr le
canal 3 st
T1+20,5|cycles+
1/2 cyclg.
A4.1.2 | Vérifiez I'exigence de P5 pour le tengsi r\%\\?t essai ne Vérifiez qug toutes
précision de I'amplitude et écessite pas un les durées ¢t
de durée ° /\ générateur amplitudes
P4 po synchronisé. relevées su les
mesures dg creux /
us UX/I Le changement Surtensiong /
P4 poutNa Fréquence @ | d'amplitude du signal | jterryption|sont
pour créer des conformes fvec la
creu>.(/surtenS|ons/|nte CEI 61000-4-30,
rr_upt|ons’sera 5.4.5.1 (exigence
simultané dans le de précisioh de
temps. I'amplitude) et
L'essai doit étre 5.4.5.2 (exigence
réalisé avec les de precision de la
durées suivantes: 1; durée)
1,5;2,5; 10; 30 et Les résultals de
150 cycles. durée attendus
Voir Figure 5, sont la durge
Figure 6, Figure 7 et | injectée +
Figure 8 0,5 cycles.
tes+ésuitals
d'amplitude
attendus sont
I'amplitude injectée
£0,2 % Uy, (Px
étant P5 ou P3).
A4.1.3 | Vérifiez le seuil Cet essai ne Veérifiez que la

P2 pour les surtensions
bc

P4 pour la Fréquence *®

P1 pour les surtensions
bc

P4 pour la Fréquence *®

nécessite pas un
générateur
synchronisé.

Le changement
d'amplitude du signal
pour créer des

précision de la
durée est conforme
ala

CEI 61000-4-30,
5.4.5.2

Le résultat de
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N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
P2 pour les Creux/Int.? © creux/surtensions/inte | durée attendu est
rruptions sera de 2,5 cycles +
P4 pour la Fréquence 2 simultané dans le 0,5 cycles.
temps.
P1 pour les Creux/Int. ¢
i a L'essai doit étre
P4 pour la Fréquence réalisé avec la durée
suivante: 2,5 cycles.
A4.1.4 | Vérifiez I'influence de la P1 pour la Fréquence 2 Cet essai ne Vérifiez que la
fréquence du réseau. b nécessite pas un précision de la
P3 pour les Creux/Int. générateur durée est conforme
P3 pour la Fréquence 2 synchronisé. ala CEI 61000-4-
Te changement =302.4.0.2
P3 pour les Creux/Int.

P d'amplitude du signal e
pour créer des du est
creux/surtensi te ent de
rruptions ser os +
simultané dans\le
temps
L'e
ré
30 c

A4.1.5 | Vérifiez les creux / Un essai doit etre réalisé con orme Wgences de 6.4.2|et de
interruptions / surtensions 6.4.3.
dans un systéme polyphasé
A4.1.6 | Vérifiez la référence de i jons ir Flgur Il convient ge ne
tension de glissement — détecter aupun
Fonctionnement a I'état creux.
stationnaire * >
ensuite
tension
in Pendant
: 1 9 Udin
pendant 5 min.
njectez un creux Vérifiez qug
d'une durée de 5 cycles I'instrumen{ détecte
as50 % Uy, un creux a p7,5 %
dlUref
NOTE 57.p % =
50/87 x 10Q %
A4.1.7 | Vérifiez Ia>e*é,r€nce de 1) configuration: Voir Figure 10 L'instrument doit

tension de glissement —

sélectionnez la tension

détecter un

PO "
CUTIUTUUTT UT UCIIIGIIGHC ucT
la référence de

glissement ©

dU IU’fC’IGII\.’U dU
glissement, le seuil
d'creux défini a 90 %
Uyins Nystéresis = 2 %
din®
2) Mettez I'instrument
sous tension avec 0V
injecté aux tensions
d'entrée.

1z
genrarrage

d'interruption.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

3) Apres 5 min + temps Vérifiez que
d'amorgage de I'instrument a
I'instrument, injectez la détecté une fin
tension = Uy, d'interruption
NOTE 2 L'objectif est
de vérifier que la
tension de référence de
glissement est générée
a partir  d'une valeur
initiale d'Uyins non
rafraichie jusqu'a ce
que la tension soit
appliquée.

2@ Les Jnstruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a Pquence
50 HE". Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser Ig alla ligne
"Fréquence 60 Hz". Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz doi Pchiffres
fournis a la ligne "Fréquence 50 Hz" et a la ligne "Fréquence 60 Hz".

b Les points d'essai P1, P2, P3, P4 et P5 sont décrits dans le Tablea .1de la
CEI $1000-4-30.

¢ Le ppint d'essai P1 ne doit pas étre identifié en tant que cre int P2 doit
étre |dentifié en tant que creux/surtension.

d  Les Yaleurs recommandées pour le seuil de creux sont dd 90 % e 110 %
Uyins|Hystérésis = 2 %.

¢ L'utilisation de la tension de référence sse ent e ue si le
fabricant met en ceuvre la tension de refe nce de glissement:

(*\

100}

50}
o
50—
-100—

-15

< i ! !W‘ l! I |

-15

100—

501

-50

-10Q

-15

\/ 03 04 05
Pass
Slgnal d’essai phase 2
T
100—
50| i
0}
4.'.\
-10Q '
v I
O 0,3 0,4 0,5
Passage parzéroa T1 + 10 cycles
Signal d’essai phase 3
T
| | | | |
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Passage par zéro a T1 + 20 cycles

0,6

IEC 2949/13

Figure 1 — Vue d'ensemble de I'essai pour les creux conformément a I'essai A4.1.1
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1/2 cycle RMS phase 1

80—

60—

40—

20—

é-e-eoo 0000006000000000000000000006000000600000d0600-00000:-0-(

|

10q

03

1/2 cycle RMS phase 2

80—

60—

40—

20—

I 0.0.00000000000000000/0000000:000

10q

80—

60—

40—

20—

00 O0O0

0,6
IEC 2950/13

Udin

i — 2 % Hystérésjs
2 % Hystérésjs
ot =00 0%
Durée Vdip
Démarrage Vdip Fin du Vdip IEC 2951/13

Figure 3 — Détail 2 de la forme d'onde pour les essais de creux

conformément a lI'essai 4.1.1
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Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
N N-+1 N+2 N+3 N-+4 N+5 N+6 N+7
100 70 0 0 0 64 90 90
Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15
90 92 94 94 94 94 94 94

Figure 4 — Détail 3 de la forme d'onde pour les essais de creux
conformément a I'essai A4.1.1

150

100

50

-100

Signal d’essai: creux de 60 %, 2,5 cycles

A

/

1\

/
|

| N

A

i

£

!

S
7 —
<1 [ (¢

v

0,08

0,10 0,12

la forme d'onde pour I'essai des creux
onformément a lI'essai A4.1.2

IEC 2952/13
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1/2 cycle RMS
120

100

o}
©
9
!
o}

80

o..

60 o0&

40

20

o

0,02

300

200

b

-300
0

0,02 0,12

IEC 2954/13

Figure 7 — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai des surtensions
conformément a I'essai A4.1.2
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1/2 cycle RMS
200 @O

L0

180

160 o

140

120

& o QO

. N

60

100

(0]

40

20

\
. \>\>
, , , 10, ) 9,1

IEC 2955/13

Figure 8 — Détail 2 de la forme d'onde k de surtensions

Udin
95 % Ugin
87 % Usin
50 % Usin
N
IEC 2956/13
igure 9 — Essai de tension de référence de glissement
Udin """""""""""

N

IEC 2957/13

Figure 10 — Condition de démarrage de la référence de glissement
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6.4.2 Vérifiez les creux / interruptions dans un systéme polyphasé

N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A4.2.1 Veérifiez que les creux et les P4 pour la fréquence Cet essai ne nécessite — pour chaque
interruptions sont pendant au moins pas un générateur canal, vérifiez que
correctement détectés dans 15 s. synchronisé. la séquence
un systéme polyphasé, en ) ) d'Urms(1/2) dans
Seuil de creux = 90 % — Commencez l'essai

appliquant un essai unique I'instrument est

avec une perturbation non Ugin, hysteresis =2 % avec les trois phases conforme a la
synchrone a 3 phases din définies sur Uy, séquence définie
contenant & la fois un creux Seuil d'interruption = — A t1 (synchronisé sur dans la Figure 9
et une interruption 10 ‘;A Ugin, hystérésis le passage par zéro — Vérifiez que la
=2 % Uyin sur la phase 1), durée de creux

injectez 0 % Uui“ S
la phase 1

pu:yph sé est
ment

en tant
cycles
précision
orisation
dans
P00-4-30).

T convient d'effectuer
des paliers de tension
au passage par zéro
pour chaque phase.

Au cycle

— Vérifiez que la
durée
d'internuption
polyphfsé est
correctement
relevég en tant
que 1,% cycles
(dans Ip précision
de temporisation
définie|dans

sur la phase 3 CEI 61p00-4-30).

> Au cycle — Vérifiez que la
t3+1 (synchronisé sur tensior] restante
le passage par zéro de la mesure de
sur la phase 2), creux gst
injectez 100 % U, correctement
sur la phase 2 relevég en tant

. que 0 %o Uy,

- At4 (synchromse, sur (dans Ih précision
le passage par zéro d'amplitude définie
sur la phase 1), dans CEI 61000-4-
injectez 100 % U, 30).
sur la phase 1

Voir Figure 11,
Figure 12 et Figure 13

0
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EEase % | i : E
ase s—————
ase
| Seuil du creux
Seuil de l'interruption
t1 ]‘ § §
Début du ] .« »
J/Vl 1 [l
Creux : d :
Début de /:2 3
'interruption 1EC. 2958/13

NOTE L

Figure 11 — Détail 1 de

b figure n'est pas dessinée a I'échelle.

I'essai des c

x/in

f

f

NAWAN

Phas

V
AN

/

V

t1

t2

[
»

t3 t4 IEC 2959/13

Figure 12 — Détail 2 de la forme d'onde pour I'essai des creux/interruptions polyphasé
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Urms(1/2) | Urms(1/2) Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) Urms(1/2)
N N-+1 N+2 N+3 N-+4 N+5 N+6 N+7
(démarrage (démarrage de
du creux) I'interrupteur)
Phase 1 100 70 0 0 0 0 0 0
Phase 2 100 100 100 70 0 0 0 0
Phase 3 100 100 100 100 100 70 0 0
Urms(1/2) | Urms(1/2) Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) Urms(1/2)
N+8 N-+9 N+10 N-+11 N+12 N+13 N+14 N+15
(fin de ’-(ﬁn du crey )
I'interrupteur
) N
Phase 1 0 0 0 0 7(/\ \hQO 100
Phase 2 0 0 0 70 100 10})\ 100 100
Phase 3| |0 70 100 100 100 ] 1000 100, > 100
Figurd 13 — Détail 3 de la forme d'onde pour I'essai &nt rr ons polyphasé
6.4.3 Vérifiez les Surtensions dans un syst(érQ %%s
N Cible de I'essai Points d'essai\selon nditions d'essai Critére d'essai (si I'essai
le Tableau 3 complémentaires s'applique)
A4.3.1. || Vérifiez que les Surtensions Ca\ess/ai ne nécessite — pour chaque canal,
sont correctement détectées as un générateur vérifieg que la

dans un systeme polyphasé,
en appliquant un essai
unique avec une inj€ctionde
Surtension non synchrone

a 3 phases

9,

nchronisé.

— Commencez l'essai

avec les trois phases
definies sur Uy,

A t1 (synchronisé sur
le passage par zéro
sur la phase 1),
injectez 130 % U
sur la phase 1

din

Au cycle

t1+1 (synchronisé sur
le passage par zéro
sur la phase 2),
injectez 130 % Uy,
sur la phase 2

Au cycle

t1+2 (synchronisé sur
le passage par zéro
sur la phase 3),

séquer|ce d'Urms(1/2)
dans I'instrument est
conforme a la séquence
définie|dans la

Figure [15

— Vérifiez que la durée de
Surtengion

polyphfsé est
correctement relevée en
tant que 6,5 cycles

130 % Uy,
précision
d'amplitude définie

injectez 130 % Uy,
sur la phase 3

— A t1+4 cycles

(synchronisé sur le
passage par zéro sur
la phase 1 etla
phase 3), injectez
100 % Uy, surla
phase 1 et la phase 3

— A t3 (synchronisé sur

le passage par zéro
sur la phase 2),
injectez 100 % Uy,
sur la phase 2

Voir Figure 14 et
Figure 15

gans—CEl 61000-4-30).
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]
1 ]
Amplitude de || —_— — :
. 4 ]
surtension : !
; :
! )
1 ]
, i . .
: : Seuil de surtension
—! !
1 )
Phase 2 ) '
Phase 1 #,_ S
Phase 3 ! :
% » | DPOLYSWL = t3-t1
Début de /:i :
surtengion {RY 3
1
! IEC 2960/13
Figure 14 — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai des Surtensions polyphasées
AN
Urms(1/2) | urms(1/2) | urms(1/2) | urms(1/2) | urms(172). W1 ) W(wz) Urns(1/2)
N N-+1 N+2 N+3 44 45 6 N7
(démarra
ge de la
Surtensio N C
" O
Phase 1| | 100 116 130 130, 30 | 130 130 13p
Phase 2| | 100 100 100 116 136\ 130 130 13p
Phase 3| | 100 100 100\ | 4002 100 127 150 15p
NW)
Urms(1/2) r s(1b\ Urms(4/2) r 1/2 Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2) | Urms(1/2)
N+8 +9 N+ N:11 N+12 N+13 N+14 N+15
(fin de la
Surtensio
\/\ n)
Phase 1| [ 130 < e “\ Moo ) | 100 100 100 100 10p
Phase 2| | 13 a 130 130 130 116 100 10p
Phase 3| | 150, 2R 100 100 100 100 100 10p
e la forme d'onde pour I'essai des Surtensions polyphasées
6.5 qéséquilibre de tension d'alimentation
6.5.1 Généralités

Utilisez une source d'alimentation CA a 3 canaux respectant ou dépassant les valeurs de
stabilité suivantes sous les conditions de référence définies dans le Tableau 11: tension

10,05 %

NOTE Les conditions de référence pour les PQI sont définies dans la norme CEIl 62586-1.
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6.5.2 Méthode de mesure, incertitude de mesure et étendue de mesure

N Cible de I'essai Conditions d'essai Conditions d'essai Critére d'essai (si

complémentaires I'essai s'applique)

A5.1.1 Veérifiez la précision de Connectez une source - vérifiez si u0 et u2 se

la mesure de d'alimentation CA trouvent entre 0 % et
déséquilibre a 3 canaux et réglez 0,15 %

Canal 1 (L1 a N) sur
100 % d'Uy;,

Canal 2 (L2 a N) sur
100 % d'Uy;,

Canal 3 (L3 a N) sur
100 % d'Uy;,

A5.1.2 Vérifiez la précision de Connectez la source --- et u2 se
la mesure de d'alimentation CA e 4.9 % et
déséquilibre a 3 canaux et réglez

Canal 1 (L1 a N) sur
73 % d'Uy,
Canal 2 (L2 a N) sur
80 % d'Uy;,
Canal 3 (L3 a N) sur
87 % d'Uy,

A5.1.3 || Vérifiez la précision de Connectez la source - \/ vérifiez si uQ et u2 se
la mesure de d'alimentation CA trouvent entije 4.8 % et
déséquilibre 3 2 51%

3 sur
i

N
A5.1.4 || Vérifiez la préci ic>>\d%\ --- vérifiez si uQ = 2,47 % *
la mesure de 0,15 %
déséquilipre avecile 3
déphasage ave etsiu2=4,%2% +
systéme a 4 cébl 0,15 %
anal 3 (L3 a N) sur
1S 100 % d'Uy;,, +118°
6.5.3 Agréga
Il doit étre-verifiequelesvaleurs agregees—sontfourniesparléquipementenessai—Un essai

de précision des valeurs agrégées n'est pas nécessaire.

6.6 Harmoniques de tension
6.6.1 Méthode de mesure

Chaque essai doit durer au moins 10 secondes.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions Critére d'essai (si
le Tableau 3 d'essai I'essai s'applique)
complémentaires
A6.1.1 | Vérifiez que les intervalles de Un essai doit étre réalisé conformément aux exigences de
mesure 10/12 cycles sont sans I'Annexe E.
intervalles et sans
chevauchement
A6.1.2 | Vérifiez que les mesures Appliquez les conditions | --- TC10/12(unc)-harm
10/12 cycles utilisent la mesure de référence, plus pour la 2°™® )
de sous-groupe harmonique P1 pour les harmonique (la 2°™°
(Usg.n) provenant de la harmoniques (vérifiez la harmonique est
CEI 61000-4-7 mesure du sous-groupe présente a 5 %)
de base)
Apphateztes c)-harm
conditions de
référence, plus P1 pour (aucun
les interharmoniques) ignificatif
Appliquez les --- c)-harm
conditions de )
référence, plus S4 pour harmoniqu¢ (la 2°™°
les interharmoniques) harmoniqug est
>résente ald %)
A6.1.3 érifiez que les mesures sont --- --- Vérifiez qujau moins
pffectuées au moins jusqu'au 50 harmoniques
b0°™® ordre sont fournigs par
SO AS
A6.1.4 | Bila déformation harmonique z tes - TC150/180func)-thd
otale est calculée, vérifiez qu'il d (distorsion
E'agit de la déformation , plus 5 ‘pour significative
harmonique totale du sous- /mqﬂqu s détectée)
groupe (THDS) de la CEI 61000-
7 TC150/180[{unc)-thd
(aucune digtorsion
significative
/\ détectée)
A6.1.5 érifiez qu'umfacteur de créte --- TC150/180func)-
i'au moin pri harm pour [es
plussS1 pour les 50 harmoniques
rmoniques (facteur
\sge créte de 2)
A6.1.6 Appliquez les --- TC150/180[unc)-
conditions de référence harm pour les
plus 10 % d'Uy;, 50 harmoniques
a 75,0 x la fréquence (pas de redliement
fondamentale * détecté)
Appliquez les --- TC150/180func)-
in aligs au>dessous ou jusqu'a la | conditions de référence harm pour |es
E0efne-harmonigle. plus 10 % d'Uy;, 50 harmonigques
a 150,0 x la fréquence (pas de refdliement
fulldalllclltaic 2 détcutc’)
Appliquez les --- TC150/180(unc)-
conditions de référence harm pour les
plus 10 % d'Uy;, 50 harmoniques
a 501,0 x la fréquence (pas de repliement
fondamentale * détecté)
? Seuls trois points d'essai anti-repliement obligatoires sont définis ici pour simplifier les exigences

d'essai minimum. Toutefois, selon les caractéristiques de fréquence d'échantillonnage et de filtre de I'appareil
soumis a l'essai, un autre contenu spectral peut étre requis pour évaluer correctement le fonctionnement d'un
filtre anti-repliement. Le laboratoire d'essai appliquant cette procédure peut également choisir d'appliquer un
ensemble de signaux a large spectre en tant qu'essai plus exhaustif du filtre anti-repliement, en utilisant un
analyseur de réseau ou autre équipement similaire.
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6.6.2
6.6.2.1

Incertitude de mesure et étendue de mesure

— 145 —

Incertitude dans les conditions de référence

Chaque essai doit durer au moins 10 s.

N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A6.2.2 | Vérifiez l'incertitude de Conditions de --- TC150/180(unc)-
mesure — harmonique paire référence plus P1 pour harm pour les
unique les harmoniques harmoniques
applicables
A6.2.3 | Vérifiez l'incertitude de Conditions de --- TC150/180(unc)-
mesure — harmonique reference plus P2 pour arm podr les
impaire unique les harmoniques harmonigques
(] applicables
A6.2.4 | Vérifiez l'incertitude de Conditions de --- T 50/}§ O(unc)-
mesure — harmonique référence plus P3 pour rmypoyf les
importante unique les harmoniques harmoniques
\Qap' ablps
A6.2.5 || Vérifiez la plage de mesure — | Conditions de - TC150/180(unc)-
extrémité inférieure référence plus P4 pour harm poyr les
les harmoniques harmoniques
L~ applicables
A6.2.6 | Vérifiez |la plage de mesure — | Conditions de x/ - TC150/180(unc)-
extrémité supérieure référence plusnR5 p O harm poyr les
les harmoniques harmoniques
applicables
NOTE |Les valeurs 150/180 cycle sont sélectiphnées pour ces_essais pour simplifier I'extraction des données, car il
sera nég¢essaire d'extraire les données de mesure pour | harmoniques; cela est plus facile a faife dans une
fenétre de 3 s que dans une fe%e plus courte.
N W
6.6.2.2 Variations en ion des\grandeurs d'influence simples
Chaque|essai d‘rﬂ‘h erau moins S.
N Cib I'essai hw/ts d'essai selon Conditions d'essai Critere d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai g'applique)
selon le Tableau 4
AB6.3.1 Conditions de S1 pour la fréquence TC150/180(unc)-
référence plus P1 pour | (fréquence la plus harm poyr les
les harmoniques (ordre | faible) 50 harmdniques
d'harmonique le plus
bas)
Conditions de S4 pour la fréquence TC150/180(unc)-
référence plus P3 pour | (fréquence la plus harm poyr les
tes: hGIIIIUII;L'uUD (uldlc c’:cvéc, 56 hammniques
d'harmonique le plus
élevé)
A6.3.2 | Vérifiez l'influence de Conditions de S1 pour I'amplitude de TC150/180(unc)-

I'amplitude de la tension sur
I'incertitude de la mesure

référence plus P2 pour
les harmoniques

la tension (tension la
plus faible)

harm pour les
50 harmoniques

Conditions de
référence plus P2 pour
les harmoniques

S3 pour I'amplitude de
la tension (tension la

plus élevée)

TC150/180(unc)-
harm pour les

50 harmoniques

NOTE Les valeurs 150/180 cycle sont sélectionnées pour ces essais pour simplifier I'extraction des données, car il
sera nécessaire d'extraire les données de mesure pour les 50 harmoniques; cela est plus facile a faire dans une
fenétre de 3 s que dans une fenétre plus courte.
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6.6.3 Evaluation de mesure

Non applicable.

6.6.4 Agrégation de mesure

6.6.4.1 10/12 cycles avec 10 min de synchronisation

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux tops d'horloge de
10 min RTC consécutifs. .

N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaireses I'essai s'applique)
A6.4.1 Veérifiez le chevauchement Conditions de f=49,99 Hz ou z le flag
d'agrégation 1 référence plus P2 pour | 59,99 Hz etle
les harmoniques 3 , \ e blocs de
Durée de I'essai\= e pour la
11 m|n onique
i
Il conviegnt qu'un top d'horloge de 10 min se produise au milieu de I'inte Ps 4+0/12 cyclés numnjéro 3000.
NOTE p9,99 Hz = (2999,5/600) x 12; 49,99 Hz = (2999,5 / 60

6.6.4.2 Agrégation de 150/180 cycles ave in'de syn hronisation

Chaque| essai doit durer au moins 11
10 min RTC consécutifs.

nir au moins deux tops d'hofloge de

N Cible de I'essai

omts ssai s\i-e)n I
[\ ab aul3

Conditions d'essai
complémentaires

Critére dlessai (si
I'essai s'applique)

AB.5.1 Vérifiez le f = 50,125 Hz (couvrant TC150/180(ync)-harm
chevauchément 50 Hz) ou 60,15 Hz pour la 3°™°
d'agréga (couvrant 60 Hz) selon harmonique,|avec
la sélection du fabricant | I'agrégation forrecte

des valeurs
10/12 cycles| pour

chacun des intervalles
d'agrégation
superposés
150/180 cycle

) et ajoutez un
harmonique
>ariab|e comme décrit:

Démarrez a P2 pour
les harmoniques

— Faites une
décélération du
contenu harmonique
de 1 %/s jusqu'a ce
qu'elle atteigne 0 %

— Faites une
acceélération du
contenu harmonique
de 1 %/s jusqu'a ce
qu'elle atteigne P2

— Répéter

Il convient qu'un top d'horloge de 10 min se produise au milieu de l'intervalle de temps 150/180 cycles numéro 201.

NOTE 50,125 Hz = (200,5/600) x 150; 60,15 Hz = (200,5/ 600) x 180

6.6.4.3 Agrégation de 10 min

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux tops d'horloge de
10 min RTC consécutifs. .
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N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
AB6.6.1 Vérifiez I'agrégation Conservez les f=49,99 ou 59,99 Hz TC10 min(unc)-harm
10 min conditions de référence Durée de l'essai = pour la troisieme
(y compris une 11 min harmonique, avec
composante I'agrégation correcte
fondamentale des valeurs
constante) et ajoutez un 10/12 cycles basées sur
contenu harmonique les numéros de
variable comme décrit: séquence de bloc
— Démarrez a P2 pour
les harmoniques
— Faites une
décdlération—du
contenu harmonique
de 1 %/s jusqu'a ce
qu'elle atteigne 0 %
— Faites une
accélération du
contenu harmonique
de 1 %/s jusqu'a ce
qu'elle atteigne P2
— Répéter
Il convieint qu'un top d'horloge de 10 min se produise au milieu/de ljintervalle_de ps #0/12 cycles nunféro 3000.
NOTE (59,99 Hz = (2999,5/600) x 12; 49,99-Hz = (2999,5/600) x /10 (\
6.6.4.4 Agrégation de 2 h
N Cible de I'essai Conditions d'essai Critére d'essai (si
g\ / complémentaires I'essai slapplique)
A6.7.1 Veérifiez I'agrégafxz/\ N Srifier que la valeur agrégée de 2 h est fournie par I'¢quipement
6.7 In
6.7.1

Chaque
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N Cible de I'essai Points d'essai Conditions Critéere d'essai (si I'essai
selon le Tableau 3 d'essai s'applique)
complémentaires
A7.1.1 | Vérifiez que les Un essai doit étre réalisé conformément aux exigences de I'Annexe E
intervalles de mesure
10/12 cycles sont sans
intervalles et sans
chevauchement
A7.1.2 | Vérifiez que les Appliquez les --- TC10/12(unc)-interharm pour
mesures 10/12 cycles conditions de les deux interharmoniques
utilisent la mesure de référence, plus entourant la 2°™°® harmonique
sous-groupe P1 pour les (aucun contenu significatif
interharmonique harmoniques sur les deux
(Uisg.h) provenant de la interharmoniques)
CET 61000-4-7 .
Appliquez les ---
conditions de
référence, plus
P1 pour les
interharmoniques
A7.1.3 || Vérifiez que les ---
mesures sont
effectuées au moins
jusqu'au 50°™ ordre
6.7.2 Incertitude de mesure et ét
6.7.2.1 Incertitude dans les conditi
Chaque|essai doit durer au moins 10 s
N Cible de I'essa \P@nts ai s I Conditions d'essai Critére dlessai (si
Tab complémentaires I'essai s'applique)
A7.21 Veérifiez l'incertit d\d,e’\ Conditiops de ference --- TC150/180(4ync)-
mesure — interharm pour les
d'interharmonjqu 50 interharmioniques
A7.2.2 | Vérifiez rincerftitu \né\ b u\ﬁ? TC150/180({nc)-
mesure — interha niques interharm pour les
interharmQnique 50 interharmoniques
inféri;g(u ique
A7.2.3 i pour les --- TC150/180(ync)-
interharmoniques interharm pour les
50 interharmioniques
A7.2.4 || Vérifiez¥incertitude de P3 pour les --- TC150/180(4ync)-
mesufe — interharmoniques interharm pour les
interharmonique d'ordre 50 interharmloniques
r'\!r\\'ln S qnn
A7.2.5 | Vérifiez la plage de P4 pour les --- TC150/180(unc)-
mesure — extrémité interharmoniques interharm pour les
inférieure 50 interharmoniques
A7.2.6 | Vérifiez la plage de P5 pour les --- TC150/180(unc)-

mesure — extrémité
supérieure

interharmoniques

interharm pour les
50 interharmoniques

Les valeurs 150/180 cycle sont sélectionnées pour ces essais pour simplifier I'extraction
nécessaire d'extraire les données de mesure pour les 50 interharmoniques; cela est plus facile a faire dans une
fenétre de 3 s que dans une fenétre plus courte.

des données, car il sera

6.7.2.2

Variations en fonction des grandeurs d'influence simples

Chaque essai doit durer au moins 10 s.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai
Tableau 3 complémentaires
selon le Tableau 4
A7.3.1 Vérifiez l'influence de la | P1 pour les S1 pour la fréquence TC150/180(unc)-
fréquence sur interharmoniques (ordre | (fréquence la plus interharm pour les
I'incertitude de la d'interharmonique le faible) 50 interharmoniques
mesure plus faible
P3 pour les S4 pour la fréquence TC150/180(unc)-
interharmoniques (ordre | (fréquence la plus interharm pour les
d'interharmonique le élevée) 50 interharmoniques
plus élevé
A7.3.2 Vérifiez I'influence de P2 pour les S1 pour I'amplitude de TC150/180(unc)-
I'amplitude de la tension | interharmoniques Ia tension (tension la interharm pour les
strtincertituvdedeta ptas—faible) "5“ tterhrarmoniques
mesure
P2 pour les S3 pour I'amplitude d TC1504480(ync)-
interharmoniques la tension (tenS| inferharm. pqur les
plus élevée) interharmoniques
Les valdurs 150/180 cycle sont sélectionnées pour ces essais pour simplifi ‘extraction jdés n}ée/s, car il sera
nécessajre d'extraire les données de mesure pour les 50 interharmoniqués; ce us facile a faife dans une
fenétre de 3 s que dans une fenétre plus courte.
6.7.3 | Evaluation de mesure
Non applicable.
6.7.4 Agrégation de mesure
6.7.4.1 10/12 cycles avec 10 min
Chaque| essai doit durer & tenir au moins deux tops d'hogloge de
10 min RTC consécutif[s.\ (_\
N Cible I'essai intsid'essai selon le Conditions d'essai Critére dlessai (si
Table complémentaires I'essai s'applique)
A7.41 | verifiez le b W f=49,99 ou 59,99 Hz | Soumettez I¢ flag
chevauche interha niques 3 , . temporel et le nombre
d'agrégation Durée de l'essai = de blocs de |a séquence
11 min pour l'interharmonique
a un essai al7,5 x la
fréquence
PN fondamentalg.
Il convient q We 10 min se produise au milieu de l'intervalle de temps 10/12 cycles numjéro 3000.
NOTE p9,99 Hz = /600) x 12; 49,99 Hz = (2999,5/ 600) x 10
6.7.4.2 Agrégation de 150/180 cycles avec 10 min de synchronisation

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux tops d'horloge RTC
consécutifs de 10 min.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A7.5.1 Vérifiez le chevauchement Conservez les f =50,125 Hz (couvrant TC150/180(unc)-

d'agrégation 2

conditions de
référence (y compris
une composante

50 Hz) ou 60,15 Hz
(couvrant 60 Hz) selon
la sélection du fabricant

interharm pour
I'interharmonique
a 7,5 x la fréquence

fondamentale
constante) et ajoutez
un contenu
interharmonique
variable comme décrit:

— Démarrez a P2 pour
les interharmoniques

Egites—Uhe-

fondamentale, avec
I'agrégation correcte
des valeurs

10/12 cycles pour
chacun des
intervalles
d'agrégation
superposeés

150/180 cycle

décélération du
contenu
interharmonique de
1 %/s jusqu'a ce
qu'elle atteigne 0 %

Faites une
acceélération du
contenu
interharmonique de
1 %/s jusqu'a ce
qu'elle atteigne P

— Répéter "\ X

2

Il conviegint qu'un top d'horloge de 10 min se

NOTE

50,125 Hz = (200,5 / 600) x 150;

mps 150/180 cycles n

Liméro 201.

6.7.4.3

Chaque

Agrégation 10'mi

essai doit duMoins
10 min RTC conWi S. .

oduise iliewde l'interval e
60,15 Hz =(200,5 ~A800) x4.80

min et-doit/contenir au moins deux

tops d'hofloge de

Cible de.”

N oints d‘essai selon le Conditions d'essai Critére dlessai (si
I'essai e complémentaires I'essai s'applique)
A7.6.1 Vérifiez onsétvezes conditions de f=49,99 ou 59,99 Hz TC10 min(ur|c)-
I'agrégatio efe (y compris une Durée de l'essai = interharm pour
10 main fondamentale 11 min I'interharmonique

S

émarrez a P2 pour les
interharmoniques

Faites une décélération du

a 7,5 x la fr§quence
fondamentalg, avec
I'agrégation forrecte
de t

TC150/180(ync)-
interharm pour les
50 interharmjoniques les

0 %

Répéter

contenu infnrhnrmnninllm de
1 %/s jusqu'a ce qu'elle atteigne

Faites une accélération du
contenu interharmonique de

1 %/s jusqu'a ce qu'elle atteigne
P2

vateurs t0712 cycles
basées sur les numéros
de séquence de bloc

Il convient qu'un top d'horloge de 10 min se produise au milieu de l'intervalle de temps 10/12 cycles numéro 3000.

NOTE 569,99 Hz = (2999,5/600) x 12;

49,99 Hz = (2999,5 / 600) x 10
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6.7.4.4 Agrégation 2 h
N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A7.71 Vérifiez I'agrégation 2 h On doit vérifier que la valeur agrégée de 2 h est fournie par
I'équipement soumis a l'essai.
6.8 Tensions de la signalisation sur réseaux sur la tension d'alimentation
6.8.1 Méthode de mesure
N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai__| Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'e\ss\ai s;applique)
A8.1.1 | Vérifiez que I'utilisateur --- --- N it\permet
peut spécifier la fréquence 3 sateur|de
de porteuse a contrdler, >
jusqu'a 3 kHz
p
a 3
\ squ'a 3 kHZ
A8.1.2 | Vérifiez que I'utilisateur --- - \ \;@ produit pgrmet
peut spécifier le seuil de a l'utilisateur|de
détection (au-dessus de configurer le |seuil de
0,3 % Uy, et la longueur détection et Ip durée
de la duree d'enregistrenjent
d'enregistrement selon les
(jusqu'a 120 s) spécification
A8.1.3 | Sila méthode 1° est --- ---
implémentée, vérifiez que
cette implémentation est
correcte
interharmoniques
ultanément sur le
méme signal dans les
conditions de
référence.
1 060 Hz bin --- TC10/12(unc), ou la
seulement (il convient valeur attendue est
de le compter pour la tension effjcace
MsV): pour le comppsant
b3 4 1 060 Hy a 1060 Hz squlement

Deux bins adjacents ---
(il convient de ne pas
les compter pour
MsV):

P3 a1 055 Hz, et
P3a1065Hz

valeur attend

a 1060 Hz se

TC10/12(unc), ou la

ue est

la tension efficace
pour le composant

ulement
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A8.1.4 | Sila méthode 2° est Configurez le produit --- ---

implémentée, vérifiez que
cette implémentation est
correcte

pour contrdler une
fréquence de
porteuse de
316,67 Hz.

Appliquez les points
d'essai suivants pour
la signalisation sur
réseaux, chacun
d'entre eux
appliquant deux
fréquences

ternarmoniques
simultanément sur le
méme signal dans les
conditions de
référence.

NN

Deux bins du milieu
(il convient de les
compter tous les deux
pour MsV):

P3 4 315 Hz et

P3 a 320 Hz

10/1M2(urc), ou la
valeur attendue est
a racine de |p

se@mme des garrés

pour les quatfe bins
es plus proches de
la fréquence
contrélée seylement:

310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz

TC10/12(unc), ou la
valeur attendue est
la racine de |p
somme des darrés

pour les quatfe bins
les plus proches de
la fréquence
contrélée seylement:

310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz

Deux bins adjacents
a la plage de calcul (il
convient de ne pas
les compter pour
MsV):

TC10/12(unc), ou la
valeur attendue est
la racine de |p
somme des darrés

pour les quatfre bins

P3 a 305 Hz et
P3 & 330 Hz

les plus proches de
la fréquence
contrélée seulement:

310 Hz
315 Hz
320 Hz
325 Hz
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A8.1.5 | Sila méthode 1° et la Mémes essais que --- Le produit passe
méthode 2° sont toutes les 8.1.3 et 8.1.4, mais avec succes les
deux implémentées et si le appliqués de fagon essais 8.1.3 et
fabricant annonce qu'il seéquentielle sans 8.1.4 sans
sélectionne de fagon intervention manuelle intervention
dynamique la méthode (autrement qu'en manuelle
selon la fréquence spécifiée | spécifiant la
par I'utilisateur (la fréquence de
CEI 61000-4-30 I'appelle porteuse)
I'approche "préférentielle"),
vérifiez que le produit utilise
la méthode appropriée
A8.1.6 [ Verifiez que Te produit Configurez Te produit - -
indique quand un signal pour utiliser un seuil
dépense le seuil de de détection de 0,5 %
détection et pour contréler une
fréquence de
porteuse de
316,67 Hz, puis
appliquez les deux
essais ci-dessous. \
a) Appliquez P1 pour - \ produit n'indique
la signalisation sur pas que le signal a
réseaux (fréquence dépassé le s¢uil de
de porteuse de détection
316,67 Hz). (\ }7
S\ A L
5 Le produit indlique
que le signalla
dépassé le s¢uil de
détection
A8.1.7 | Vérifiez que le produit peut --- Le niveau mgximal
relever les valeurs d de tension dg signal
tension de signal pendant la dyrée
10/12 cycles durantNa d'enregistrenjent de
120 s peut étre
déterminé a partir
des valeurs
10/12 cycles
enregistrées.
& "Méth ét asée sur "le bin interharmonique de la valeur efficace 10/]2 cycles
corre
b "Méth ente a éthode basée sur "la racine de la somme des carrés pour lg¢s 4 bins
interh r efficace 10/12 cycles les plus proches".
6.8.2 Incertitu e mesure et étendue de mesure
6.8.2.1

Chaque essai doit durer au moins 1 s.

N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A8.2.1 Vérifiez I'incertitude de la P2 pour la --- TC10/12(unc) pour la

mesure pour une
fréquence de porteuse de
316,67 Hz

signalisation sur
réseaux (fréquence de
porteuse de

316,67 Hz)

méthode choisie

P3 pour la
signalisation sur
réseaux (fréquence de
porteuse de

316,67 Hz)

TC10/12(unc) pour la
méthode choisie
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)

P4 pour la --- TC10/12(unc) pour la
signalisation sur méthode choisie
réseaux (fréquence de
porteuse de
316,67 Hz)
P5 pour la --- TC10/12(unc) pour la
signalisation sur méthode choisie
réseaux (fréquence de
porteuse de
316,67 Hz)

A8.2.2 Vérifiez I'incertitude de la P2 pour la --- TC10/12(unc) pour la
festrepott—the stgratisation—sut rréthodechoisie
fréquence de porteuse de réseaux (fréquence de
1060 Hz porteuse de 1 060 Hz) a

P3 pour la --- T 10/1\2(unc) pour la
signalisation sur éthode |ehoisie
réseaux (fréquence de

porteuse de 1 060 Hz)

P4 pour la -- L Tb/1 0/12(unc) pour la
signalisation sur méthode [choisie
réseaux (fréquence de

porteuse de 1 060 H

P5 pour la \/ Wi TC10/12{unc) pour la
signalisation sur méthode [choisie
réseaux (fréquence de

porteuse™de 1 060 Hz)

A8.2.3 Vérifiez l'incertitude de la P2 p la --- TC10/12(unc) pour la
mesure pour une signalisation s méthode [choisie
fréquence de porteuse de réseaux (fréquen
2 975 Hz __;Qrt use de 2975

--- TC10/12(unc) pour la
i«\%i méthode [choisie
Q 4 pour 1y TC10/12{unc) pour la
signalisation sur méthode [choisie
ré ux (fréquence de
porteuse de 2 975 Hz)
P5 pour la --- TC10/12(unc) pour la
signalisation sur méthode [choisie
réseaux (fréquence de
\ porteuse de 2 975 Hz)
R
6.8.2.2 Variations en fonction des grandeurs d'influence simples

Chaque essai doit durer au moins T s.

N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 4
A8.3.1 Vérifiez I'influence de la P3 pour la S1 pour la fréquence TC10/12(unc) pour la

fréquence sur l'incertitude
de la mesure

signalisation sur
réseaux (fréquence de
porteuse de 2 975 Hz)

méthode choisie

P3 pour la
signalisation sur
réseaux (fréquence de
porteuse de 1 060 Hz)

S3 pour la fréquence

TC10/12(unc) pour la
méthode choisie
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selon le Tableau 4
P3 pour la S4 pour la fréquence TC10/12(unc) pour la
signalisation sur méthode choisie

réseaux (fréquence de
porteuse de

316,67 Hz)
A8.3.2 Vérifiez l'influence de P3 pour la S1 pour I'amplitude de TC10/12(unc) pour la
I'amplitude de la tension signalisation sur la tension méthode choisie
sur l'incertitude de la réseaux (fréquence de
mesure porteuse de
316,67 Hz)
P3pourte S3pourtamptituae—d 2qunc) pour la
signalisation sur la tension choisie

réseaux (fréquence de

porteuse de
316,67 Hz) (\

A8.3.4 Vérifiez I'influence des P3 pour la S1 pour e
harmoniques sur signalisation sur harmoniques
I'incertitude de la mesure réseaux (fréquence de
porteuse de

316,67 Hz)

unc) pour la
choisie

P3 pour la S1 pourle TC10/12(unc) pour la
signalisation sur harmoniques méthode [choisie

réseaux (fréqu
por se de 1

6.8.2.3 Evaluation de mesure

Non applicable.

6.8.3 Agrégation

Non applicable. Q

6.9 Mesure des pa déviation et de sur-déviation

6.9.1
Les essai St & mesure sont spécifiés dans le tableau ci-dessous pour les
valeurs € ent (I'agrégation est spécifiée dans une section ultérieure).

Le CEI $1000<4~30:2008 décrit la méthode de mesure sous Uyns.under,i € Urms-over,i as€ sur
la valeuf 10112 cyctes’efficace U;s.200ms.i» OU | représente l'intervalle 10/12 cycles spécifique.
Toutefols)\la sous-déviation (U, ,4e,) €t la sur-déviation (U,,.,) ne sont décrites qyie dans
la section agrégation. Le tableau ci-dessous suppose que U, q4er €t Uyyer PEUVENt €galement
étre calculés pour chaque intervalle 10/12 cycles, en utilisant la méme formule de la section
agrégation pour agréger une valeur 10/12 cycles unique.

3

Pour l'intervalle 10/12 cycles, un appareil doit rendre disponible au moins un des U, ,qer €t
qrms_under et au moins un des U.OVer et {ers_oyer. Toutes les valeurs qui sont rendues
disponibles doivent respecter les exigences indiquées ci-dessous.

Chaque essai doit durer au moins 1 s.
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Cible de I'essai

Points d'essai selon
le Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires

Critére d'essai (si
I'essai s'applique)

A9.1.1

Essai en régime établi —
vérifiez le calcul correct

d'Urms—under’ Uunder’
et U quand U,
U,

din

rms-over

>

over rms-200ms

P5 pour I'amplitude
de la tension
d'alimentation (la
tension est 150 %

d'Udin)

Pour chaque valeur
10/12 cycles:
U

rms-under ~ “din

=0%
=U

rms-

u
u

rms-over
200ms

Uover = (Urms-over -
Ugin) ! Ugin LEnviron
50 %]

under

A9.1.2

Essai en régime établi —

Conditions de

I Pour chaque valeur

vérifiez le calcul correct
)

d Urms-under‘ U,

et U quand

over
din

under’ ~rms-over

rms-200ms ~

référence (I'amplitude
de la tension
d'alimentation est U
+1 %)

din

O

N
§>

Ugin OU
elon la
§ faible
o=
ﬁjdin

din OU
rms-200ms’ elon la
valeur la plys
élevée

rms-over

u
Udin)
0 %]

over (Urms-over -
4in [ENVIron

A9.1.3

Essai en régime établi —
vérifiez le calcul correct

'
d Urms-under‘ Uunder‘ Ur s-over
et Uover quand Urms— oms <

din

Pour chaqué¢ valeur
10/12 cycles:

Urms-unger =
200ms (| @mplitude

de la tension
d'alimentati
Uunder = (Ud -

rms-under.
[environ 90

u ={

rms-over
U

=09
over 0%

A9.1.4

Vr.m.s
A

P5

® @

P3 [(100%)

@ @

Séquence des
valeurs attepdues:

Les valeurs
10/12 cycleg
répétées paf
groupes de fuatre
états:

1. U, ..=01%

seront

1 1 »

>
20/24cycles 40/48cycles 60/72cycles 80/96cycles

2. Uypge= 0 %
3. Uypger= 50 %

under™
4. U =50 %

under™

NOTE Ces valeurs
peuvent dévier
selon la précision
de synchronisation
de 10/12 cycles.



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

62586-2 © CEI:2013 - 157 —

Points d'essai selon
le Tableau 3

Cible de l'essai

Conditions d'essai

complémentaires

Critére d'essai (si
I'essai s'applique)

A9.1.5 | Essai en régime non établi —
vérifiez que toutes les Vr.m.s
valeurs 10/12 cycles sont A

calculées sans espaces

pP3 [(100%)

O]

p1 |00%) .

D @

@

|

BRI

N

>
20/24cycles 40/48cycles 60/72cycles 80/96cycles

Séquence des
valeurs attendues:

Les valeurs

10/12 cycles seront
répétées par
groupes de quatre
états:

1. U
2.U
3. U

under™ 0%
0 %

90 %

under™

under”

%

ier
aGision
isation
Cles.

A9.1.6 N/A

Vérifiez le nombre de
valeurs produites

bmes
hse,
fournie

ur les syst
2 simple ph
1 valeur est
pour chaque
et Urms

rms-

under Lover®

Sur les syst
a 3 phases
3 cables, 3
sont fournie|
chaque U,
U

Emes
pt
aleurs
5 pour
-under et

rms-over’

bmes
Pt

Sur les syst
a 3 phases
4 cables, 6 yaleurs
ou 3 valeurd sont

fournies poyr

chaque U, et

-under

rms-over’

6.9.2 dtendue de mesure

6.9.2.1

Pour la
efficace
d'alimer
suffisan
dessou

ous-jacentes,

§>

sur-déviation, les valeurs calculées sont dépendantes des
comme spécifié pour
3sais appropriés de 6.2.4.1 sont considérés comme nécess
fs{pour vérifier l'incertitude de la mesure et I'étendue de mesure, comme c1écrit ci-

I'amplitude de

valeurs
tension
hires et

la

6.9.2.2

Couvert par 6.2.4.1.

Incertitude dans les conditions de référence

Il est suffisant de vérifier que les calculs de 10/12 cycles sous-jacents pour I'amplitude de la
tension d'alimentation satisfont aux exigences pertinentes de précision et de plage.

6.9.2.3

Couvert par 6.2.4.1.

Variations en fonction des grandeurs d'influence simples

Il est suffisant de vérifier que les calculs de 10/12 cycles sous-jacents pour I'amplitude de la
tension d'alimentation satisfont aux exigences pertinentes de précision et de plage.
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6.9.3 Evaluation de mesure

Non applicable.

6.9.4 Agrégation de mesure
6.9.4.1 General

Dans la CEI 61000-4-30 Ed. 2, les Equations (6) et (7) spécifient la méthode d'agrégation
pour la sous-déviation et la sur-déviation d'une maniére Iégérement différente des autres
parametres. Les essais suivants sont destinés a vérifier que ces méthodes d'agrégation sont
implémentées correctement.

6.9.4.2 10/12 cycles avec 10 min de synchronisation

Couvert|par 6.2.2

Il est syffisant de vérifier que les calculs de 10/12 cycles sou je de la

tension [d'alimentation sont correctement synchronisés sur |

6.9.4.3 Agrégation de 150/180 cycles avec 10 min de

N Cible de I'essai Points d'essai selor&}(?nditi s E’és\s;f Critére d'efssai (si

le Tableau omplémentaires I'essai s'agplique)

U Les valeurs
efficaces
10/12 cycleg seront

répétées paf
groupes de puatre,
tel que décrjt
en 9.1.3.

D
Ces valeurs
efficaces

10/12 cycle
doivent étre
relevées et
synchronisées avec
les valeurs
150/180 cydles

A9.2.1 | Vérifiez I'agrégation
correcte d'Uunder et
d'Uover pour l'intervalle
150/180 cycles
(conformément aux
équations 6 et 7 de la
CEI 61000-4-30:200

U,

under

20/24 40/48 60/72 80/96

v

cycles cycles cycles cycles associées ppur
Uunder et Uo er’

Fréquence = 50 Hz / 60 Hz (ou les deux si Les valeurs
applicable) 150/180 cydles

doivent étre
cohérentes pvec les
valeurs thédriques
dérivées de$
valeurs effiqaces
10/12 cycleg, en
utilisant les
Equations 6 et 7.

L'essai doit durer au moins 10 s.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A9.2.2 | Vérifiez que les agrégations \Vr.m.s. Les valeurs
150/180 cycles pour Uunder efficaces
et Uover sont 4 10/12 cycles seront
resynchronisées sur le top répétées par
d'horloge de 10 min P5 |______ groupes de quatre,
(150 % tel que décrit
en 9.1.3.
Ces valeurs
P1 - )
(10 % ' ! ! ! efficaces
1 i i i 10/12 cycles
. . . — | doivent étre
20/24 40/48 60/72 80/96 .
cvcles cvcles cvcles cvcles relevées et
Synchroniseges avec

les valeurs
les
bur

pr
ale

les
rvalle

Fréquence = 50,125 Hz / 60.15 Hz (ou les deux
si applicable)

L'essai doit durer au moins 11 min et.doi
contenir au moins deux tops d'hor
10 min RTC consécutifs.

0 min et la

remiére vajeur
(resynchronjsée)
150/180 cydles de
I'intervalle 1|0 min
suivant doivent étre
cohérentes pvec les
valeurs thédriques
dérivées de$
valeurs effidaces
10/12 cycleg, en
utilisant les
équations 6|et 7.

N\
oduise aumilieu de l'intervalle de temps 150/180 cycles

z =X200,5/600) x 180

Il convignt qu'un top d'horlo dN\O min s
numéro P0O1.
NOTE p0,125 Hz 5/(200,5V 600) x : 1

6.9.4.4

Chaque
min RT(

35 11 min et doit contenir au moins deux tops d'horloge de 10
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A9.3.1 Vérifiez I'agrégation correcte Vr.m.s. Les valeurs
d'Uunder et d'Uover pour efficaces
I'intervalle 10 min 4 10/12 cycles seront
(conformément aux répétées par
Equations 6 et 7 de la PS | ____ groupes de quatre,
CEIl 61000-4-30:2008): (150 % tel que décrit
en 9.1.3.
P1 Ces valeurs
(10 %) ! ! ! ! - efficaces
s i ] ] v 10/12 cycles doivent
| Z Yims-ansers 20/24 40/48 60/72 80/96 étre relevées pour
. _ Yain _‘H n cycles cycles cycles cycles l'intervalle 10 min
T Ten ntier et plignées
a valeurs
Fréquence = 50 Hz / 60 Hz (ou les deux < 10 sociees
[ a— applicable) er € Ugyer
Jzuﬁns—ovar.\ S le kS 10 min
L Ui doiventéjtre
Yover == ——— [%] L'essai doit durer au moins 11 min et do ohérentgs avec les
contenir au moins deux tops d'h valeurs théoriques
RTC consécutifs. dérivées [des valeurs
efficaces
10/12 cygles, en
utilisant les
équationg 6 et 7.
6.9.4.5| Agrégationde2h N i & )\>
N Cible de I'essai d'essaj Conditions d'essai Critere d'essai (si
le be\eau complémentaires I'essai g'applique)
A9.4.1. | Vérifiez I agregatlon i&%fgque v\aéur agrégée de 2 h est fournie par I'¢quipement
6.10 Marquage((kaag[%mg) w
N Clble e Po ts d'essai Critere d'essai (si I'essai s'applique)
A10.1.1 ”'é\ Cet egsai d0|t inclure au Veérifiez qu'il n'y a pas de flagging dans tous
moins 1 intervalle complet les intervalles agrégés.
ne 2 h.
NOTE Cet essai peut étre
combiné aun autre essai
qui n'inclue pas les
conditions de flagging.
A10.1.2 Creux: 70 % d'Uy;,, Chacun des paramétres répertorigs ci-

Flagginw systéme
polyphasé causé par un

crelx de tension

1 canal, L2, Durée: 100 ms

dessous est balisé au sein de chgque
intervalle de mesure correspondant qui

Pour papillotement PIt

"
Tl

moins 1 intervalle complet
de 2 h.

e }
coS5dl UUTT MLiuTre du

contient le/la creux/Surtension/interruption
(comme illustré dans la Figure 18):

— Papillotement (PIt 2 h)

NOTE Pour des raisons d'efficacité, I'essai
10.1.1 n'examine que le flagging du
papillotement (valeurs PIt 2 h), bien qu'il soit
attendu que d'autres valeurs de 2 h soient
également marquées ."
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N Cible de l'essai Points d'essai Critére d'essai (si I'essai s'applique)
A10.1.3 marquage dans un systeme | Creux: 70 % d'Uy;,, Chacun des paramétres répertoriés ci-
polyphasé causé par un 1 canal, L2, Duree: 100 ms | dessous est balisé au sein de chaque
creux de tension ? intervalle de mesure correspondant qui
contient le/la creux/Surtension/interruption
(comme illustré dans la Figure 16):
— Fréquence d'alimentation (10 s)
— Amplitude de la tension (10/12 cycles,
150/180 cycles, 10 min)
— Papillotement (Pst 10 min)
— Déséquilibre de tension d'alimentation
(10/12 cycles, 150/180 cycles, 10 min)
A10.1.4 marquage dans un systéme | Surtension: 120 % d'U;,, — Harmoniques d€ tension. (10/12 cycles,
polyphasé causé par une 2 canaux, L1+L3, Durée:
Surtension de tension ® 100 ms
A10.1.5 marquage dans un systeme | Interruption: 0 % d'Uy;,, Do min)
polyphasé causé par une 3 canaux, L1+L2+L3,
interruption de tension ® Durée: 100 ms P cycles)
0 min)"
Le/la creuk/Surtension/interruption de 100 ms doit commencer et 0/12 cycles
et au sein|du méme intervalle 10 s pour la fréquence.
®  Pour Ips instruments utilisant I'approche polyphasée pgu la marque est appliquée
a toutgs les phases mesurées. Pour les i nal par canal, la marque n'est
appliqiée qu'ala ou les phases conténant énsion / interruption. |L'approche

polyphlfasée et I'approche canal par canal so

NOTE V@ir I'explication dans la Figure 16.
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TP 1/2cyc|erm5:::::
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]
0 1.10 11..20 21..30 141..150 1.10 _11..20
(]
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] Déséquilibre de tension /\ [N
¥ 1d/12 cycles [10/12 cycles |10/12 cycles| Harmoniques en tension |10/12 cycles|10/1 g/c;k\%sb 0/15\{3&&1
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igure 16 — Essai de marquage pour la classe A
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6.11 Contréle d'incertitude d'horloge
N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
A11.1.1 Veérifiez l'incertitude d'horloge | 1) Vérifiez que I'instrument fonctionne avec la synchronisation d'horloge
(vérifiez I'état de I'appareil).
2) Injectez une interruption d'une durée fixe avec un générateur de
signal synchronisé et notez I'heure de début de I'interruption T1start.
3) Vérifiez que l'instrument a détecté une interruption et notez I'heure
de début mesuré (lecture) T1start_mes. Vérifiez la précision de
T1start_mes, elle doit étre T1start + 1 cycle.
4) Déconnectez ou désactivez la synchronisation et laissez I'instrument
effectuer la mesure pendant au moins 24 h.
NOTE pendant ce temps, l'appareil p ur n'importe
quel essai ne nécessitant pas la synchfonisa
5) Injectez une interruption d'une du ur de
signal synchronisé et notez I'heure d on T2start.
6) Veérifiez que l'instrumentad £z I'heure
de début mesuré (lecture
7) Vérifiez I'incertitude d'horloge
Modulus(T2start-T2s
Voir Figure 17.
NOTE 1 L'interruption injectée 2) et 5) aura u é ifraire (parjexs @)
NOTE 2 [T1start_mes et T2start_mes ont une résoluti

((\\>

Inte
généra

/T\Lst

%@}%\

NN
5 Interruption

générateur
T2start

0

v

3
o
|

Lecture instrument

v T1start_mes

7
|
!

T2start_mes

IEC 2962/13

Lecture instrument

Figure 17 — Controdle d'incertitude d'horloge

6.12 Variations en fonction des grandeurs d'influence externes

6.12.1

Généralités

Les variations ne doivent étre contrélées que pour la mesure de fréquence et la mesure de
tension.
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Influence de la température

Chaque essai doit durer au moins 1 minute.

62586-2 © CEI:2013

N

Cible de I'essai

Points d'essai selon le
Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires
selon le Tableau 6

Critére d'

essai (si

I'essai s'applique)

A12.1.1

Vérifiez l'influence de la
faible température

P1 pour la Fréquence @

ET1

La valeur de
sera utilisée
d'autres calc

Vérifiez que

T ar ox-Eiau
ALy g

mesure
pour
uls

chaque

mesure de 10 s est
conforme aux limites

e2dela

CEl

)

P2 pour la Fréquence @

ET1

e

onforme au

(par ex Figu
El 62586-1

mesure
pour
Dls

chaque
D s est
X limites
e2dela

)

P3 pour la Fréquence 2

ET

La valeur de
sera utilisée
d'autres caldg

Veérifiez que
mesure de 1
conforme au
(par ex Figu
CEIl 62586-1

mesure
pour
uls

chaque
D s est
X limites
e 2dela

)

La valeur de
sera utilisée
d'autres calg

Veérifiez que
mesure de 1
est conforme
(par ex Figu
CEIl 62586-1

mesure
pour
uls

chaque
D/12 cycles
aux limites
e 2dela

)

pour I'amplitude de
la tension

ET1

La valeur de
sera utilisée
d'autres caldg

Vérifiez que
mesure de 1
est conformgd
(par ex Figu
CEI 62586-1

mesure
pour
uls

chaque
D/12 cycles
aux limites
e 2dela

)

P5 pour I'amplitude de

ET1

La valeur de

mesure

[ H
Ta terSTom

L
Sera—utmrnSee

Vérifiez que

pour

d'autres calculs

chaque

mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites
(par ex Figure 2 de la
CEI 62586-1)

Incertitude d'horloge
(vérifiez la dérive sur
une durée de 8 h)

ET1

Moins de 333 ms

A12.1.2

Vérifiez l'influence de la
température la plus
défavorable

P1 pour la Fréquence 2

ET2

La valeur de mesure
sera utilisée pour
d'autres calculs

Veérifiez que chaque
mesure de 10 s est
conforme aux limites
(par ex Figure 2 de la
CEl 62586-1)
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Cible de I'essai

Points d'essai selon le
Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires
selon le Tableau 6

Critére d'

essai (si

I'essai s'applique)

P2 pour la Fréquence 2

ET2

La valeur de
sera utilisée

mesure
pour

d'autres calculs

Vérifiez que
mesure de 1

chaque
0 s est

conforme aux limites
(par ex Figure 2 de la

CEI 62586-1

)

P3 pour la Fréquence 2

La valeur de

sera utilisée
/#La..tr o al

mesure
pour
uls

9,

< e5—Cat

Veérifiez)que

chaque
D s est
K limites
e 2 de la

)

P1 pour I'amplitude de
la tension

A

S5

O

La waledr de
era utilisée
utres calg

Veérifiez que
mesure de 1
conforme au
(par ex Figu
CEIl 62586-1

mesure
pour
uls

chaque
D s est
K limites
e 2dela

)

dede

P3 pour |
la tension

mpli

T
ET

N/

La valeur de
sera utilisée
d'autres calg

Vérifiez que
mesure de 1
conforme au
(par ex Figu
CEI 62586-1

mesure
pour
uls

chaque
Ds est

K limites
e2dela

)

ET2

La valeur de
sera utilisée
d'autres caldg

Vérifiez que
mesure de 1
conforme au
(par ex Figu
CEIl 62586-1

mesure
pour
uls

chaque
Ds est

X limites
e2dela

)

Incertitude d'horloge
(vérifiez la dérive sur
une durée de 8 h)

ET2

Moins de 33

B ms

A12.1.3

Véfifiéz linfluefice de la

te€mpérature élevée

P1 pour la Fréquence 2

ET3

La valeur de
sera utilisée

mesure

pour

g " }
U aultics Laic

Veérifiez que

uls

chaque

mesure de 10s est
conforme aux limites
(par ex Figure 2 de la

CEIl 62586-1

)

P2 pour la Fréquence 2

ET3

La valeur de
sera utilisée
d'autres calc

Veérifiez que

mesure
pour
uls

chaque

mesure de 10s est
conforme aux limites
(par ex Figure 2 de la

CEIl 62586-1

)
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Cible de I'essai

Points d'essai selon le
Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires
selon le Tableau 6

Critére d'essai (si
I'essai s'applique)

P3 pour la Fréquence @

ET3

La valeur de mesure
sera utilisée pour
d'autres calculs

Vérifiez que chaque
mesure de 10s est
conforme aux limites
(par ex Figure 2 de la
CEl 62586-1)

P1 pour I'amplitude de
la tension

La valeur de mesure

sera utilisée pour
—eautres—eatquls

<

Veérifiezjque'[chaque
Ds est
K limites

e 2 de la

P3 pour I'amplitude de
la tension

A

S5

O

LaWr de|mesure
era utilisée|[pour

utres calduls

Veérifiez que [chaque
mesure de 1Ps est
conforme auk limites
(par ex Figure 2 de la
CEl 62586-1|)

dede

P5 pour |
la tension

mpli

T
ET

N/

La valeur de|mesure
sera utilisée|pour
d'autres calduls

Vérifiez que [chaque
mesure de 1Ps est
conforme auk limites
(par ex Figure 2 de la
CEl 62586-1|)

ET3

Moins de 338 ms

Les ingtruments
Les injstrume

ion

N
ctionner a \42 doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 50 Hz".
r a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 60 Hz".
nner a 50 Hz et 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis aux

deux lignes

6.12.3 | Influenc la~tension d'alimentation
N Cible}e\l)e/ssai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére dlessai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
selonle Tableau 6
A12.2.1 Vérifiez l'influence de la | P1 pour la Fréquence @ EV1 La valeur de mesure
tension d'alimentation sera utilisée pour
faible d'autres calculs
Vérifiez que chaque
mesure de 10s est
conforme aux limites
P2 pour la Fréquence @ EV1 La valeur de mesure

sera utilisée pour
d'autres calculs

Vérifiez que chaque
mesure de 10s est
conforme aux limites
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Cible de I'essai

Points d'essai selon le
Tableau 3

Conditions d'essai
complémentaires
selon le Tableau 6

Critére d'essai (si
I'essai s'applique)

P3 pour la Fréquence 2

EV1

La valeur de mesure
sera utilisée pour
d'autres calculs

Vérifiez que chaque
mesure de 10s est
conforme aux limites

P1 pour I'amplitude de
la tension

EV1

La valeur de mesure
sera utilisée pour
d'autres calculs

L -Vérifiez que chaque

mesure de, 10/12 cycles
est confermg aux limites

P3 pour I'amplitude de
la tension

EV1

N\ K

mesure

chaque

m D/12 cycles
t conformeg aux limites

P5 pour I'amplitude de
la tension

Ce
é

Vfa valeur de|mesure
sera utilisée|pour
d'autres calduls

Vérifiez que [chaque
mesure de 1P/12 cycles
est conformg aux limites

A12.2.2

Vérifiez l'influence de la
tension d'alimentation
élevée

9,

P1 pour |

sque e\\
N

(@AN

¥

La valeur de|mesure
sera utilisée|pour
d'autres calduls

Vérifiez que [chaque
mesure de 1Ps est
conforme auk limites

2 poug larEréquence 2

EV2

La valeur de|mesure
sera utilisée|pour
d'autres calduls

Veérifiez que [chaque
mesure de 1Ps est
conforme auk limites

pour la Fréquence 2

>

EV2

La valeur de|mesure
sera utilisée|pour
d'autres calduls

Vérifiez que [chaque
mesure de 1Ps est
conforme auk limites

P1 pour I'amplitude de

La valeur de|mesure

I
Ta CITS1UTT

serautitisée pour
d'autres calculs
Veérifiez que chaque

mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites

P3 pour I'amplitude de
la tension

EV2

La valeur de mesure
sera utilisée pour
d'autres calculs

Veérifiez que chaque
mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites
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Points d'essai selon le
Tableau 3

N Cible de I'essai

Conditions d'essai
complémentaires
selon le Tableau 6

Critére d'essai (si
I'essai s'applique)

P5 pour I'amplitude de
la tension

EV2

La valeur de mesure
sera utilisée pour
d'autres calculs

Vérifiez que chaque
mesure de 10/12 cycles
est conforme aux limites

Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 50 Hz".

Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 60 Hz".
Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis aux deux lignes

"Fréquence 50 Hz" et "Fréquence 60 Hz".

7 Pracédure d'essais fonctionnels pour les
de |a norme CEI 61000-4-30

7.1

-m

réquence d'alimentation
711 Généralités
La meslire de fréquence doit s'effectuer sur le canal

7.1.2 Méthode de mesure

bdure d'essais est identique a ¢

essai doit durer amnsfm\i.

La proc

Chaque

N

instruments r

de référen

O

sse S

AN
N Cible de I'essa N \B\Q?:::Vsélon Conditions d'essai Critere d'essai (si
complémentaires I'essai g'applique)
S1.1.1 | Vérifier gu nte alle Bi uclé\(\;c;?schema Comptez le nombre de | TC10s(sgm)
moyen e sousy): relevés de fréquence
jangle P1-P3 en 2 min (N) TC(11< N <13)
i?ée: 5s
riangle P3-P1
Durée: 5s
fHz
A
P3
P1 |
>
5s 10s 15s
7.1.3 Incertitude de mesure et étendue de mesure
7.1.3.1 Incertitude dans les conditions de référence

La procédure d'essais est identique a la classe A.

Chaque

essai doit durer au moins 1 min.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S1.2.1 Veérifiez la plage de P1 pour la Fréquence 2 - TC10s(unc)
mesure
S1.2.2 Veérifiez la plage de P2 pour la Fréquence 2 - TC10s(unc)
mesure
S1.2.3 | Vérifiez la plage de P3 pour la Fréquence 2 --- TC10s(unc)
mesure
a8 Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 50 Hz".
Les instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 60 Hz".
Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence
50 Hz" et a la ligne "Fréquence 60 Hz".

7.1.3.2 Variations en fonction des grandeurs d'influence simp

La procédure d'essais est identique a la "classe A".

Chaque|essai doit durer au moins 1 min.

N Cible de I'essai Points d'essai selon le Co s%ess i Critére dlessai (si
Tableau 3 /c\om émentaires I'essai s'applique)

S1.3.1 Mesurez l'influence de P2 pour la Fréquence P & 1 pc@ amplitude TC10s(unc)
la sion.

sur l'incertitude de la
mesure (pour les autres
calculs selon les
exigences du 8).

S1.3.2 Mesurez l'influence des
harmoniques de la
tension sur l'incertitude

I'amplitude de la tension
\S}>pour les TC10s(unc)
armoniques

de la mesure (paur le

autres calculs selon les

exigences du 8)

2 Les nstrument{:z?iné a foncti
Les [nstruments tirés g
Les mstruments de inés 3
50 Hg" et a la I|

ivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréqugnce 50 Hz".
doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréqugnce 60 Hz".
z et 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne|"Fréquence

canal de référence.

La mesure d/e\re uence

o Jo

N ble d I’ essal Essai

S1.4.1 Canal de re}éfénce On doit vérifier que la mesure de fréquence s'effectue sur le ¢anal de
référence.

7.1.5 Agrégation de mesure

L'agrégation n'est pas requise pour la fréquence d'alimentation

7.2 Amplitude de la tension d'alimentation
7.21 Méthode de mesure

La procédure d'essais est identique a celle définie pour la "classe A".

Chaque essai doit durer au moins 1 s.
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Cible de l'essai

Essai

S2.1.1

Vérifiez la mesure sans
intervalles et sans
chevauchement

Un essai doit étre réalisé conformément aux exigences de I'Annexe E.

NOTE Les essais suivants ne sont pas répertoriés ici car ils sont couverts par d'autres essais: vérifiez la mesure
de valeur efficace (couverte par d'autres tests), vérifiez la précision de base de 10/12 cycles de mesure (couverte
par d'autres tests)

7.2.2 Incertitude de mesure et étendue de mesure
7.2.2.1 Incertitude dans les conditions de référence
La proc¢édure d'essais est identique a la "classe A".
Chaque|essai doit durer au moins 1 s. <\
N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai \CQt/‘Qe dlessai (si
Tableau 3 coyf)\lfqn ntai{gs I'essai s'applique)
s2.2.1 | verifiez 1a plage de P1 pour I'amplitude de | - \ ﬁmmz(unc)
mesure la tension

S2.2.2 || Vérifiez la plage de P3 pour I'amplitude de - \/ TC10/12(unqg)
mesure la tension f\ A

S2.2.3 || Vérifiez la plage de P5 pouptd'amplitu --- U TC10/12(unq)
mesure la tensio

7.2.2.2 influence simples
La proc i i €ssai de "classe A".
Chaque e[é/ﬁ}i
N ai oint\xi;;s\/sai selon le Conditions d'essai Critere dlessai (si
eau 3 complémentaires I'essai s'3pplique)
selon le Tableau 4
S2.3.1 P3 pour I'amplitude de S1 pour la fréquence TC10/12(ung)
> tension
S3 pour la fréquence TC10/12(unqg)
S4 pour la fréquence TC10/12(ung)

§$2.3.2 Mesurez I'influence des P3 pour I'amplitude de S1 pour les TC10/12(ung) sur le
harmoniques de 1a fatenston armoniques chtcompare a une
tension sur I'incertitude tension de référence
de la mesure (pour les
autres calculs selon les
exigences du 8).

7.2.3  Evaluation de mesure

Non applicable.

7.2.4

7.2.41

Agrégation de mesure

10/12 cycles avec 10 min de synchronisation

Non exigé pour la classe S.
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La classe S nécessite des blocs 10/12 cycles sans intervalles et sans chevauchement (essai
2.1.1), il n'existe pas d'autre exigence sur la synchronisation de 10 min.

7.2.4.2

Agrégation de 150/180 cycles avec 10 min de synchronisation

Chaque essai doit durer au moins 11 min et doit contenir au moins deux tops d'horloge de 10
min RTC consécutifs.

sans intervalles

ci-dessous):

f =50,125 Hz (couvrant
50 Hz) et/ou 60,15 Hz
(couvrant 60 Hz) selo

N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S2.5.1 Vérifiez I'implémentation Boucle (voir schéma

Vérifiez que
I'agrégation des
150/180 cycles est

— Variations lineaires
de tension de
P1 a P3 pendant
une durée d'1 min,
puis

— linéaires de
P3 a P1 pendant
une durée d'1 min

la sélection du fabrigant

\

Qm\)

nforme a la
CEKB1000-4-30

Il conviegint qu'un top d'horloge de™ 0 m|n
NOTE p0,125 Hz 5 600) %\Qz

=%200,5/600) x 180

u miligu de l'intervalle de temps 150/180 cycles npméro 201.

7.2.4.3

Chaque
de 10 min

oins 11 min et doit contenir au moins deux tops d

horloge
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai
le Tableau 3 complémentaires
selon le Tableau 4
S2.6.1 Vérifiez I'agrégation 10 min Boucle (voir schéma S2 pour la Fréquence Vérifiez que
ci-dessous): I'agrégation de
o L 10 min est conforme
- Varlathns linéaires 3 la CEI 61000-4-30
de tension de
P1 a P3 pendant
une durée d'1 min,
puis
— linéaires de
P3 a P1 pendant
une durée d'1 min
ux/)
T — Y
P1 7777777777777777777777777777777
7.2.4.4 Agrégation 2 h Nw
N Cible de I'essai Po nts ai § Ic}hﬁ/ Conditions d'essai Critére ¢d'essai (si
complémentaires I'essai s'applique)
S2.7.1

Veérifiez I'agrégatio K\(

7.3 Papillote@

i ver valeur agrégée de 2 h est fournie par I'¢quipement
umisea essal

Les ess D-4-15.
7.4 I
NOTE D
7.41
N CiblMessai Points d'essai selon Conditions d'essai Critere dlessai (si I'essai
le Tableau 3 complémentaires s'applique)
S4.1.1 Vérifiez que les U . (1) ou P4 pour la fréquence ® | Cet essai ne nécessite Pour la mise en ceuvre de

U (1/2) approprles sont
utilisés.

Si U, (1/2) est utilise,
vérifiez que les U, (1/2)
sont indépendamment
synchronisés sur chaque
canal au passage par zéro.

pendant au moins
15 s.

Il convient d'effectuer
des paliers de tension
au passage par zéro
pour chaque phase

pas un générateur
synchronisé.

Commencez l'essai
avec les trois phases
définies sur Udin

-A T1, injectez 0 % Uy
sur la phase 1 durée
d’interruption de 2
cycles, suivie d'une
étape a 90% Udin et
de 2 cycles, puis un
état stable a 94% U
sur la phase 1.

n

din

-A T1+10cycles + 1/3
cycle, appliquez le
méme profile sur la

U (1) vérifiez que la
sequence d'U, . (1)
contient au moins une
valeur sur chaque phase
ayant I'amplitude de
I'interruption injectée.

(dans la précision
d'amplitude définie dans
CEI 61000-4-30).

Pour U.__(1/2),

rms

— pour chaque canal,
vérifiez que la séquence
U, (1/2) dans
I'instrument est conforme
a la séquence définie
dans la Figure 4.



https://iecnorm.com/api/?name=14d9625d382a804348cac55ef966618e

62586-2 © CEI:2013

-173 -

N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si l'essai
le Tableau 3 complémentaires s'applique)
phase 2. Vérifiez la datation de
-A T1+20cycles — 1/3 Uhrms (11’_2%1("‘*1}) o la
cycle, appliquez le phase 1 + 7z cycle.
méme profile sur la —  Vérifiez que la
phase 3. datation de U,__ (1/2)
Voir Figure 1 et Figure (N+1) sur la phase 2
2. est T1+10,5cycles *
1/2cycle.
Vérifiez que la datation de
Urms(1/2) (N+1) sur la
phase 3 est :
T\f\\20,5cyzles + 1/2cycle
S4.1.2 Veérifiez I'amplitude et P5 pour les Cet essai ne néce sit}a\ e toutes les

I'exigence de précision de la

durée *

9,

Surtensions. °

P4 pour la Fréquence
a

tI)33 pour les Creux/Int.

P4 pour la Fréquenc
a

&

pas un générateu
synchronisé.

s points d'essai 1 et
1,5 sont exclus.

Voir Figure 18 et
Figure 20 pour plus de
détails sur l'injection
des signaux, voir la
Figure 19 et Figure 21
pour la séquence
attendue de U

rms

(172).

NOTE Pour U, (1)
les mises en ceuvre, la
séquence attendue
dépend de l'alignement
de la fenétre Urms qui
ne peut étre
synchronisée avec des
passages par zéro.

a
5.4.5.1 (eX
précision d
5.4.5.2 (eX
précision d

hmplitudes

r les mesures
[Surtensions /

h sont conformes
1 61000-4-30,
igence de

e I'amplitude) et
igence de

e la durée)

S$4.1.3

Verifiez e seuil /

P2 pour les
Surtensions * °

Cet essai ne nécessite
pas un générateur

Vérifiez qu
la durée e

e la précision de
t conforme a la

CFl 61000

+4-30, 5.4.5.2

P4 pour la Fréquence
a

P1 pour les
Surtensions ° °

P4 pour la Fréquence
a

52 pour les Creux/Int.
c

P4 pour la Fréquence

tI)31 pour les Creux/Int.

P4 pour la Fréquence
a

Qynr‘hrnnicé

Le changement de
signal en amplitude
pour créer des
creux/Surtensions/interr
uptions sera simultané
dans le temps.

L'essai doit étre réalisé
avec les durées
suivantes: 2,5 cycles.
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N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si l'essai
le Tableau 3 complémentaires s'applique)

S4.1.4 Veérifiez I'influence de la P1 for Frequency *° Cet essai ne nécessite Vérifiez que la précision de
fréquence du réseau. ) b pas un générateur la durée est conforme a la

P2 for Dips/Int. synchronisé. CEI 61000-4-30 article
5.4.5.2
P3 for Frequency ° Le changement de
P2 for Dips/Int. " signal en amplitude
' pour créer des

creux/Surtensions/interr

uptions sera simultané

dans le temps. L'essai

doit étre réalisé avec

les durées suivantes:

2 et 30 cycles.

S4.1.5 Veérifiez les creux / Un essai doit étre réalisé conformément aux exjgences de 74.R et de 7.4.3
interruptions / Surtensions
dans un systéme polyphasé (\

S4.1.6 Vérifiez la référence de 1) configuration: Voir Figure 22 | oW}Ie ne détecter
tension de glissement — sélectionnez la aucun Creyx.
Fonctionnement a I'état tension de référence
stationnaire de glissement, le seuil

de creux défini

a 90 %Usr,

I'hystérésis=2 % Ugin-

2) Injectez la tension

a |'état stationnaj G
Vérifiez qye I'instrument
détecte un|creux
a 57,5 % Ul
NOTE 1 47,5 % = 50/87 x
100 %

S4.1.7 Veérifiez la référenc Voir Figure 23 L'instrument doit détecter

Wuration:
sélectionnez la

tengion de référence
glissement, le seuil
de creux défini a 90 %
Ugin, hystérésis =2 %
Ugin-
2) Mettez I'instrument
sous tension avec 0 V
injecté aux tensions
d'entrée.

un démarrage
d'interruption.

Q) Arr_\rz‘:e 5 min o
temps d'amorgage de
I'instrument, injectez
la tension = Ugjp,

NOTE 2 L'objectif

est de vérifier que la
tension de référence
de glissement est
générée a partir d'une
valeur initiale d'Ugip,

non rafraichie
jusqu'ace que la
tension soit

appliquée.

\érifiez qule I'instrument a
détecté une fin
d'interruption
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Les instruments destinés a fonctionner a 50 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 50 Hz". Les
instruments destinés a fonctionner a 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis ala ligne "Fréquence 60 Hz". Les
instruments destinés a fonctionner a 50 Hz et 60 Hz doivent utiliser les chiffres fournis a la ligne "Fréquence 50 Hz" et
a la ligne "Fréquence 60 Hz".

® Les points d'essai P1, P2, P3, P4 et P5 sont décrits dans le Tableau 3 et dans le tableau C.1 de la CEl 61000-4-30.

Le point d'essai P1 ne doit pas étre identifié en tant que creux/Surtension et le point d'essai point P2 doit étre identifié
en tant que creux/Surtension.

Les valeurs recommandées pour le seuil de creux sont de 90 % Uy, pour le seuil de Surtension de 110 % Ugipn,
Hystérésis = 2 %.

Signal d’essai: creux de 60 %, 2,5 cycles

150

Tty

A4

—

N

;____,_,_d-

>
C

LU L
iR

0, \96 0,08 0,10 0,12

la forme d'onde pour I'essai des creux
onformément a I'essai $4.1.2

~ 77
T T W

Zx
e

-15

IEC 2952/13

Fi
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1/2 cycle RMS

120
100 O [ S W)
80 ] )
60 i NP
40 \\(
20 <\
\\
A\

IEC 2953/13

essais de

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

IEC 2954/13

Figure 20 — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai des surtensions
conformément a I'essai S4.1.2
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1/2 cycle RMS
200 00—
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180

160 Qf 0

140
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)
o
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:
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. X
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40

Usin

95 % Udin

87 % Usin

50 % Ugin

'S

L)
<an

N

IEC 2957/13

Figure 23 — Condition de démarrage de la référence de glissement
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7.4.2 Vérifiez les creux / interruptions dans un systéme polyphasé
N Cible de I'essai Points d'essai selon Conditions d'essai Critére d'essai (si
le Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S4.2.1 Veérifiez que les creux et les P4 pour la fréquence Cet essai ne nécessite — pour chaque

interruptions sont

correctement détectés dans
un systéme polyphasé, en
appliquant un essai unique
avec une perturbation non

synchrone a 3 phases

contenant a la fois un creux

et une interruption

pendant au moins
15 s.

Seuil de creux = 90 %

Ugin, hystérésis =2 %
din

Seuil d'interruption =

10 % Uy;,, hystérésis

in
=20/ []
2

pas un générateur
synchronisé.

— Commencez l'essai
avec les trois phases
definies sur Uy,

— A t1 (synchronisé sur
le passage par zéro

canal, vérifiez que
la séquence
d'U,¢(1/2) dans
I'instrument est
conforme a la
séquence définie
dans Figure 26.

— Vérifiez que la

S

o

din

Il convient d'effectuer
des paliers de tension
au passage par zéro
pour chaque phase.

“““““ 0
injectez 0 % U,
la phase 1

Au cycle

€ passage par zéro
surla phase 3),
injectez 100 % Uy,
sur la phase 3

— Au cycle
t3+1 (synchronisé sur
le passage par zéro
sur la phase 2),
injectez 100 % Uy,
sur la phase 2

— A t4 (synchronisé sur
le passage par zéro
sur la phase 1),
injectez 100 % U
sur la phase 1

Voir Figure 24,
Figure 25 et Figure 26.

din

e creux
hsé est

en tant
cycles

B précision
porisation
dans

CEI 61p00-4-30).

— Vérifiez que la
durée
d'internuption
polyphgsée est
correctement
relevég en tant
que 1,% cycles
(dans Ip précision
de temporisation
définie|dans
CEIl 61D00-4-30).

— Vérifiez que la
tensior] restante
de la mjesure de
creux gst
correctement
relevég en tant
que 0 %o Uy,
(dans Ip precision
d'amplitude définie
dans CEI 61000-4-
30).
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EEgsg % i i E i
age —_—] [
Seuil du creux
Seuil de I'interruption
L
t1 ]11 D

Pébut du ; PR
reux 5 . H

[interruption IEC 2963/1

NOTE Lp figure n'est pas dessinée a I'échelle.

Figure 24 — Détail 1 de la

des creu

f
interr io

es L\
V

Phase 2

Phase 3

\

L —
= @?A

t

t2 t3

t4

v

IEC 2964/13

Figure 25 — Détail 2 de la forme d'onde pour I'essai des

creux/interruptions polyphasés
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Unms(172) | U, 6(1/2 U s(1/2 U, s(112 U, s(112 U s(1/2 U, s(112 U, s(112
N N-+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
(démarrage du (démarra
creux) ge de
I'interrupt
eur)
Phase 1 100 70 0 0 0 0 0 0
Phase 2 100 100 100 70 0 0 0 0
Phase 3 100 100 100 100 100 70 0 0
U s(1/2 U, s(1/2) U s(1/2 U, s(112 U, s(112 U ns(1/2 U, s(112 U, s(112
NF8 NF9 NF10 N+t NF12 NFT13 T4 N+15
(fin de (fin
I'interrupteur) <§{qu)
Phase 1 0 0 0 0 0 100
Phase 2 0 0 0 70 1 00\§ 100
Phase 3| |0 70 100 100 100" 100

5
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7.4.3 Vérifiez les Surtensions dans un systéme polyphasé

N Cible de I'essai Points d'essai selon le Conditions d'essai Critére d'essai (si
Tableau 3 complémentaires I'essai s'applique)
S4.3.1. | Vérifiez que les P4 pour la fréquence Cet essai ne nécessite — pour chaque canal,
Surtensions sont pendant au moins 15 s. pas un générateur vérifiez que la
correctement détectées ) L synchronisé. séquence d'U, . (1/2)
dans un systéme SemL de Surtension = . i dans l'instrument est
polyphasé, en 1100/0 Uyin, hystérésis - Commence; I'essai conforme a la
appliquant un essai =2 % Ugin avec |es trois phases séquence définie
unique avec une Il convient d'effectuer définies sur Uy, dans la Figure 28

injection de Surtension des paliers de tension — A t1 (synchronisé sur
non synchrone au passage par zéro le passage par zéro
a 3 phases pour chaque phase. sur la phase 1),
injectez 130 % U .
sur la phase 1

— Vérifiez que la durée
de Surtension
polyphasé est

ent relevée

P 6,5 cycles

écision de

ion définie
>1000-4-

— Au cycle

t1+1 (synchronjse\sur

le passage panzér
2

e
de
Surtensior
polyphasé|est
correctement relevée
en tant que 130 %
Uy, (dans|la
precision ¢'amplitude
définie danps
CEIl 61000-4-30).

phase 1 et la
phase 3), injectez
0 % Uy, surla
phase 1 et la phase 3
— A t3 (synchronisé sur
le passage par zéro

sur la phase 2),

injectez 100 % Uy,

sur la phase 2
(\ Voir Figure 27 et

Figure 28

V)

Amplitude de

Sur Sl ) E
! ! Seuil de surtension
Phase 2 E E
Phase 1 =—/ire—>"v= R — s
hase 3 ' i
:,4 >1| DPOLYSWL = t3-t1
Débutde » )
surtension E t1 i3

IEC 2965/13

Figure 27 — Détail 1 de la forme d'onde pour I'essai des Surtensions polyphasées
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rms (1/2) rms (1/2 rms (1/2 rms (1/2 rms (1/2 rms (1/2 rms (1/2 rms (1/2
N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7
(démarra
ge de la
Surtensio
n)
Phase 1 100 116 130 130 130 130 130 130
Phase 2 100 100 100 116 130 130 130 130
Phase 3 100 100 100 100 100 116 130 130
U (172 Ui (172 Ui (172 U (172 Ui (172 Ui (172 Uyni(1/2 Ui (172
NF8 NF9 NF10 N+t NF12 NF13 1 NA15
\Cin ela
Suftensio
N\
Phase 1 130 116 100
Phase 2 130 130 130
Phase 3 130 116 100

7.5 Déséquilibre de tension d'alin
7.5.1 Généralités
Cet essai est identique al' essal n'est en matiere d'exigence de
performance de précision t'homopolaire (u0) est facultatie.
Utilisez|une source dJa respectant ou dépassant les valeurs de
stabilité| suivantes. sous I€s ference définies dans le Tableau 11:|tension
+0,05 % @
NOTE les conditi e refé PQI sont définies dans la norme CE| 62586-1
7.5.2 ét{(ﬁe\ esure, incertitude de mesure et étendue de mesure
N Cible de I'essai Conditions d'essai Conditions d'essai Critére dlessai (si
complémentaires I'essai s'applique)
S5.1.1 Véri Ia pré &%e Connectez une source --- vérifiez si u se trouve
la mesure.de d'alimentation CA entre 0 % et]|0,3 %
déséquilibre a 3 canaux et réglez . .
vérifiez si uQj se trouve
Canal1(113N)sur entre 0 % etl0,3 %, en
100 % d'Ugin cas d'évaluation
Canal 2 (L2 a N) sur
100 % d'Ugin
Canal 3 (L3 a N) sur
100 % d'Ugin
S5.1.2 Vérifiez la précision de Connectez la source --- vérifiez si u2 se trouve
la mesure de d'alimentation CA entre 4,75 % et 5.35 %
déséquilibre a 3 canaux et réglez o .
vérifiez si u0 se trouve
Canal 1 (L1 a N) sur entre 4,75 % et 5.35 %,
73 % d'Ugjn en cas d'évaluation
Canal 2 (L2 a N) sur
80 % d'Ugin
Canal 3 (L3 a N) sur
87 % d'Uyin
S5.1.3 | Vérifiez la précision de Connectez la source --- vérifiez si u2 se trouve
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